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ETIiK ILKELERE UYGUNLUK BILDIRIMIi

Tez igindeki biitiin bilgileri akademik yazim kurallarina uygun bigimde
raporlastirdigimi ve bunlari etik ilkelere (atifta bulunulan tiim yapitlara kaynaklarda yer
verilmesi, tezde kullanilan bilgi ve belgelere resmi yollarla ulagilmas1 ve bunlarmn ash

bozulmadan kullanilmasi vb.) uygun olarak elde ettigimi ve sundugumu bildiririm.
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OZET

MADDE PARAMETRE SAPMASININ BIREYE UYARLANMIS TESTLERDEN
ELDE EDILEN YETENEK KESTIiRIMLERINE ETKIiSIiNIN FARKLI
KOSULLAR ALTINDA iNCELENMESI

SAHIN KURSAD, Merve
Doktora Tezi, Olgme ve Degerlendirme Anabilim Dah
Tez Danismanlari:Prof.Dr.Omay COKLUK BOKEOGLU,Prof.Dr.R. Niikhet CIKRIKCI
Aralik, 2020, xiii + 99 sayfa

Madde parametre sapmasi (MPS), maddelerin parametre degerlerinin bireylerin
maddelere asina olmasi, miifredat degisimi gibi cesitli sebeplerle zaman igerisinde
sistematik olarak farklilasmasidir. Bu durum bilgisayar ortaminda bireye uyarlanmig
testlerde (BOBUT) ortaya ¢iktig1 durumda madde ve yetenek parametre kestirimlerinde
hataya neden olmaktadir. Ancak MPS’nin BOBUT uygulamalar1 iizerinde, hangi
kosullarda etkisi oldugu tam olarak bilinmemektedir. Bu dogrultuda bu ¢alismanin amaci
BOBUT uygulamalarinda MPS’nin 6lgme kesinligi, test bilgi fonksiyonu (TBF) ve test
etkililigi tizerindeki etkisini incelemektir. Simiilasyon c¢alismasi olarak yiiriitiilen bu
calismada 6rneklem biiytikliigii (1000, 5000), MPS biiyiikligii (0.00 logit, 0.50 logit, 0.75
logit, 1.00 logit), MPS iceren madde yiizdesi (%0, %5, %10, %20), lic zaman noktas1 ve
madde bankasi biyikligi (200, 500, 1000) kosullar1 karsilastirilmistir. Belirtilen
kosullarin yetenek kestirimleri iizerindeki etkisini incelemek icin dlgme kesinligi, test
bilgi fonksiyonu ve test etkililigi degerleri hesaplanmis ve 6l¢me kesinligi ve test bilgi
fonksiyonu agisindan kestirimler arasinda fark olup olmadigini incelemek i¢in bagimsiz
orneklemler i¢in ii¢ faktorlii ANOVA analizi yapilmistir. Arastirma sonucuna gére MPS
biiytikliigli, MPS yiizdesi ve MPS’li madde bankas: ile yapilan 6lgme sayisi arttikca
Oleme kesinligi, test bilgi fonksiyonu ve test etkililigi azalmaktadir. Yapilan bagimsiz
orneklemler i¢in ii¢ faktorli ANOVA analizleri de 6lgme kesinligi ve test bilgi
fonksiyonu agisindan elde edilen farklarin ¢ogunlukla istatistiksel olarak manidar
oldugunu gostermistir. Tiim MPS’li kosullar 6l¢me kesinligi, test bilgi fonksiyonu ve test
etkililigini olumsuz etkilese de 6rneklem biiytikliigii ve madde bankasi biiytikliigiiniin bu
faktorler lizerinde artan veya azalan yonde bir etkisinin olmadigmi gostermistir.
Anahtar Sozciikler: Madde parametre sapmasi, bilgisayar ortaminda bireye uyarlanmis

test, 6leme kesinligi, test bilgi fonksiyonu, test etkililigi



ABSTRACT

THE STUDY OF THE EFFECT OF ITEM PARAMETER DRIFT ON ABILITY
ESTIMATION OBTAINED FROM ADAPTIVE TESTING UNDER DIFFERENT
CONDITIONS.

SAHIN KURSAD, Merve
Dissertation, Department of Educational Measurement and Evaluation
Supervisors: Prof.Dr. Omay COKLUK BOKEOGLU, Prof.Dr. R. Niikhet CIKRIKCI
December 2020, xiii + 99 pages

Item parameter drift (IPD) is the differentiation of item parameters systematically
due to different reasons such as curriculum change and overexposure of items. If IPD
occurs in Computer Adaptive Testing (CAT), it causes errors in estimation of item and
ability parameters. However, in which conditions IPD affect CAT applications is not
known exactly. Accordingly, the purpose of this study is to examine the effect of IPD on
measurement precision, test information function and test efficiency in CAT applications.
This study was implemented as simulation a study and sample size (1000, 5000),
magnitude of IPD (0.00 logit, 0.50 logit, 0.75 logit, 1.00 logit), percentage of IPD (%0,
%5, %10, %20), three time points and item pool size (200, 500, 1000) factors were
compared. To investigate the effect of these conditions on ability estimations
measurement precision, test information function and test efficiency values were
calculated. Moreover, to investigate the differentiation between values of measurement
precision and test information function, multi-factor ANOVA for independent samples
analysis were done. According to the results, as the magnitude of IPD, percentage of IPD
and number of measurement increased, measurement precision, test information function
and test efficiency decreased. Also, multi-factor ANOVA for independent samples
analysis indicated that there were statistically significant differences in aspect of
measurement precision and test information function. Despite all of IPD conditions
affected the measurement precision, test information function and test efficiency
negatively, there were no increasing or decreasing effect of sample size and size of item
pool were observed.

Key Words: Item parameter drift, computer adaptive testing, measurement precision, test

information function, test efficiency



ONSOZ

Madde parametre sapmasi, maddelerin parametre degerlerinin; test asinaligi,
maddelerin ¢ok fazla kullanimi, miifredat degisimi vb. nedenlerden dolayr zamanla
farklilagmasidir. Madde parametre sapmasi, bilgisayar ortaminda bireye uyarlanmis test
uygulamalarinda ortaya ¢iktiginda, yetenek ve madde parametre kestirimlerinde hatalara
neden olmaktadir. Bu durum da test puanlarindan yapilan ¢ikarimlarin gegerligini olumsuz
yonde etkilemekte ve puanlarm yorumlanmasi ve programlarin degerlendirilmesinde
hatalara neden olmaktadir. Bilgisayar ortaminda bireye uyarlanmis test uygulamalarinda, bu
durumu etkileyen kosullarin belirlenmesi, madde ve yetenek parametrelerinin en az hata ile
kestirilmesi agisindan 6nemlidir. Bu nedenle bu ¢alisma kapsaminda bilgisayar ortaminda
bireye uyarlanmis test uygulamalarinda, madde parametre sapmasinin 6lgme kesinligi, test
bilgi fonksiyonu ve test etkililigi tizerindeki etkisi incelenmistir.
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cevaplayan, tezimin sekillenmesine yardimci olan ve gelismemde biiylik katkisi olan
degerli hocalarim, danismanlarim Prof. Dr. Omay COKLUK BOKEOGLU ve Prof. Dr.
R. Niikhet CIKRIKCI’ya; tez izleme komitemde yer alarak degerli goriislerini benimle
paylasan ve tezime katkida bulunan degerli hocalarim Prof. Dr. Duygu ANIL ve Dog. Dr.
Deha DOGAN’a; tez jiirimde yer alan ve tezime katkida bulunan Prof. Dr. Zekeriya
NARTGUN ve Dog. Dr. K.Ziilfikar DENiZ’e; tez siirecinde analizlerde karsilastigim
problemleri sabirla ¢6zen ve yardimimi esirgemeyen degerli hocam Dog. Dr. Okan
BULUT a; tezimin her asamasinda manevi yonden desteklerini esirgemeyen, bana moral
olan sevgili arkadaslarim Dog. Dr. Seher YALCIN, Dr. Ogr. Uyesi Miinevver ILGUN
DIBEK, Ars. Gér. Dr. Hatice Cigdem BULUT, ve Ars. Gor. Burcu TOPTAS a; siireg
boyunca bana en biiylik destegi veren, omuzlarimdaki yiikiin ¢ogunu alan hayat
arkadasim Servet Meri¢ KURSAD a; bugiinlere gelmemde bana sabirla destek olan ve
her animda yanimda olan canim anneme ve babama; hem hamilelik siirecimde hem de
dogduktan sonra bu stresli siireci benimle yasayan, yiiziimii giildiirerek stresimi alan
canim kizim Idil’ime ¢ok tesekkiir ederim.

Merve SAHIN KURSAD

Vi



Hayat arkadasim Meri¢’e ve

Camm kizim Idil’ime...

vii



ICINDEKILER

Sayfa

ETIK ILKELERE UYGUNLUK BILDIRIMI......ccccoviviiiiiiiiiiieescccceee e iii
OZET oottt iv
AB ST R A CT ettt e e e e a e e e e e e —aaa e e e e n i ———raan v
(01N 1] © /25RO vi
ICINDEKILER .....ooitiiitieieececeeee ettt sttt s ettt en st es st ae st n e sene s viii
TABLOLAR DIZINI ....ooiuiiiiiiiiie ettt X
SEKILLER DIZINT ...ttt Xii
KISALTMALAR ...t e a e e e e e s e e e e e e e e e s e nnnees Xiil
1270) 5161,/ 55 TS 1
(€ 028 TSRS 1
o (0] 0] = 1o S SSUSSURRSTI 1
AR ........ 000 ...ccvnnrnnnenn e . T 16

L 51535 s [ 17
SINIEIIKIAT 11 e e e e e e e e e e e bbb e s e e e e e e s abb s 18
1210 510\ 7O 19
D)1 1 23 TSR 19
Arastirma MoOdCli....c.cooeeieeeeeeeeee e 19
Verilerin Uretilmesi Ve ANALIZI .......ccevevereivieieeeieeeceeseesee e e eestee s s, 19
Simiilatif Veri Uretiminde Dikkate Alman Sabit Kosullar ..........c..ccoceeevvvevvrnennnn. 20
Simiilatif Veri Uretiminde Degisimlenen Kosullar.............c.ccceveveeviveeveeenereenanennn, 26

1270 310 0 TSR 33
BULGULAR VE YORUMLAR ...ttt 33
Orneklem Biiyiikliigiiniin 1000 Oldugu Durumda Kosullarin Karsilastirilmasima
THSKIN BUIGUIAT ...vcvvvecveeevcete ettt ettt ettt e st sttt te st ete st ereseeresaans 33
Orneklem Biiyiikliigiiniin 5000 Oldugu Durumda Kosullarin Karsilastirilmasma
THSKIN BUIGUIAT ...vcevveeveeetcetee ettt sttt ettt e et sttt et et beseereseeresaans 55
1210 510 82
SONUCLAR VE ONERILER.........ccotiiitiieieeeeee ettt 82
10 110 Lo - PR 82
(03351 (<) SR TSR TTRSTRT 84
KAYNAKLAR Lottt e e e e s et a e e s et a e e s antb e e e e e snbees 87
ELER e 96
EK 1. Etik Kurul Muafiyet Onayl.........coccoviiiiiiiiiieiiiiiieeiiee e 97
BENZERLIK BILDIRIMI ..ottt 98
OZGECMIS ...ttt ettt ettt e e n e 99

viii






TABLOLAR DiZiNi
Tablo Sayfa

Tablo 1 Simiilatif Veri Uretiminde Dikkate Alman Sabit ve Degisimlenen Kosullar ... 20
Tablo 2 Madde Bankasinm k= 200 Oldugu MPS’li Veri Setlerinde Madde Bankalarinin

Ortalama Madde GUGHIK DeZErleri.........cccvviiiiiiiiiiiiiiiieiie e 28
Tablo 3 Madde Bankasinm k= 500 Oldugu MPS’li Veri Setlerinde Madde Bankalarinin
Ortalama Madde GUGIIK DeZerleri..........ccovimiiiiiiiiiiiiiii e 29
Tablo 4 Madde Bankasmin k= 1000 Oldugu MPS’li Veri Setlerinde Madde Bankalarinin
Ortalama Madde GUGIIK DeZErleri.........cccovimiiiiiiiiiiiiiice e 29
Tablo 5 Madde Parametre Sapmasini Degerlendirme Kriterleri..............ccovvvinieinene. 30

Tablo 6 Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkh Biiyiikliikkteki Madde Bankalari igin Farkl1
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gore Yanlilik
Degerlerinin Karstlagtirtlmast ...........ceviiiiiiiiiiiiiiiii i 36
Tablo 7 Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkh Biiyiikliikteki Madde Bankalar1 i¢in Farkli
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére OHKK
Degerlerinin Karstlastirtlmast ..........eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceecsiiiiiin e 41
Tablo 8 Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkh Biiyiikliikkteki Madde Bankalari igin Farkl1
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére MOF
Degerlerinin Karstlastirilmast ........uuveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee i 45
Tablo 9 Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkh Biiyiikliikteki Madde Bankalari igin Farkl1
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gdre TBF
Degerlerinin Karstlastirilmast ........uuveviiiiiiiiiiiiiiiiiieessiiiiec e 50
Tablo 10 Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl1 Biiyiikliikkteki Madde Bankalar1 i¢in Farkl1
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkhh Zamana gore Test
EtKilZ1 DEGETICTT ...vveeeeiiiie ettt 52
Tablo 11 Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl1 Biiyiikliikteki Madde Bankalar1 igin Farkl1
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug¢ Farkli Zamana gére Yanlilik
Degerlerinin Karstlagtirtlmast ...........coooueiiiiiiiiiiiiie e 58
Tablo 12 Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl1 Biiyiikliikteki Madde Bankalar1 igin Farkl1
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkli Zamana gére OHKK

Degerlerinin Karstlagtirtlmast ...........cooouiiiiiiiiiieceiee e 63



Tablo 13 Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar1 i¢in Farkli
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére MOF
Degerlerinin Karstlagtirtlmast ..........coooiiiiiiiiiiiie e 67
Tablo 14 Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar1 i¢in Farkli
MPS Biiyiikligii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkli Zamana gére TBF
Degerlerinin Karstlagtirtlmast ..........cooiiviiiiiiiiiiie e 72
Tablo 15 Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde Bankalar1 i¢in Farkli
MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkli Zamana gore Test
EtKililigl DEGETIEIT .....vveeeeiieiee e 74

Xi



SEKILLER DiZiNi

Sekil Sayfa
Sekil 1.a ve 1.b. n= 1000 ve n= 5000 Kisilik Verilerde Yetenek Dagilimlari ............... 21
Sekil 2.a, 2.b ve 2.c. k=200, k=500 ve k=1000 Maddelik Madde Bankalar1 i¢in Madde
Bankasi Bilgi Fonksiyonu GrafiKIeri...........cccoovviiiiiiiiiieiie e 22

Sekil 3.a, 3.b ve 3.c. Ormeklem n=1000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar i¢in Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkl
Zaman Noktasina gdre Yanhlik Degerlerinin Karsilastiriimasma Iliskin Grafikler ...... 34
Sekil 4.a, 4b ve 4.c. Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar1 i¢in Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkl
Zaman Noktasina gére OHKK Degerlerinin Karsilastirilmasia Iliskin Grafikler ........ 39
Sekil 5.a, 5.b ve 5.c. Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar1 i¢in Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkl
Zaman Noktasina gére MOF Degerlerinin Karsilastirilmasma Iliskin Grafikler-........... 44
Sekil 6.a, 6.b ve 6.c. Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar1 igin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli
Zaman Noktasina gore TBF Degerlerinin Karsilastirilmasina Iliskin Grafikler ............ 48
Sekil 7.a, 7.b ve 7.c. Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar1 igin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkli
Zaman Noktasina gore Yanhlik Degerlerinin Karsilastirilmasma Iliskin Grafikler ...... 56
Sekil 8.a, 8.b ve 8.c. Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar1 igin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli
Zaman Noktasina gére OHKK Degerlerinin Karsilastirilmasina iliskin Grafikler ........ 61
Sekil 9.a, 9.b ve 9.c. Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar1 i¢in Farklh MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkli
Zaman Noktasina gore MOF Degerlerinin Karsilastirilmasma Iligkin Grafikler........... 66
Sekil 10.a, 10.b ve 10.c. Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar1 i¢in Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkli
Zaman Noktasina gore TBF Degerlerinin Karsilastirilmasina iliskin Grafikler ............ 71

Xii



1PLM
2PLM
3PLM
BOBUT
BSD
EYOY
EYSD
MOF
MPS
MTK
OHKK
TBF

KISALTMALAR

Bir Parametreli Lojistik Model
iki Parametreli Lojistik Model
Ug Parametreli Lojistik Model
Bilgisayar Ortaminda Bireye Uyarlanmig Test
Beklenen Sonsal Dagilim

En Yiiksek Olabilirlik Yontemi
En Yiiksek Sonsal Dagilim
Mutlak Ortalama Fark

Madde Parametre Sapmasi
Madde Tepki Kurami
Ortalama Hatalarin Karekokii

Test Bilgi Fonksiyonu

Xiii



BOLUM 1

GIRIS

Bu boliimde arastirmanin problem durumu, amaci, énemi ve smirliliklarr yer

almaktadir.

Problem

Geleneksel kagit-kalem testlerine gore bir¢ok avantaji olmasi ve bireylerin
yetenek kestirimlerinde daha dogru ve giivenilir sonuglar vermesi nedeniyle bilgisayar
ortaminda bireye uyarlanmis testler (BOBUT, Computer Adaptive Testing- CAT), son
yillarda siklikla tercih edilen uygulamalardan biri olmustur. BOBUT uygulamalarinda
cesitli bilgisayar algoritmalar1 kullanilarak madde giicliigii ve bireylerin yetenek
diizeyleri eslestirilmekte ve bdylece her bireyin, yetenegine uygun maddelerle
karsilasmasi saglanmaktadir (Reckase, 2011).

Madde Tepki Kurami’na (MTK) dayali BOBUT uygulamalarinda her bir bireyin
yetenegi, madde gli¢liigii ile ayn1 dlgek lizerine yerlestirilmekte ve ilgili maddeyi %50
olasilikla dogru yanitlama durumlar1 hesaplanmaktadir (Lord, 1980). Bu durum,
bireylerin yeteneklerinin kestirilmesinde, kendi yetenek diizeylerine uygun maddelerin
uygulanmasmi saglayarak, geleneksel kagit-kalem testlerine gore zaman ve maliyet
acisindan daha kullanish testler elde edilmesine olanak vermektedir (Wainer, 1993;
Weiss ve Kingsbury, 1984). Oyle ki, geleneksel kagit-kalem uygulamalarina gére hem
test uzunlugunda %50 oraninda azalma saglanarak daha verimli testler elde edilmekte,
hem de en az bu testler kadar gegerli ve giivenilir sonuglara ulagilmaktadir (Cikrike1-
Demirtasl, 1999; Kaptan, 1993).

BOBUT uygulamalarindan gegerli ve giivenilir sonuglar elde edilmesinde en
onemli faktor nitelikli maddelerden olusan genis bir madde bankasidir; ¢iinkii maddeler
nitelikli oldugu ve bu 6zelligini siirdiirebildigi 6lgiide dogru sonuglar elde edilebilir

(Bock, Muraki ve Pfeiffenberger, 1988). Madde bankasiin siirekliligini korumasi, hem
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test glivenligi hem de madde parametrelerindeki degisimi gozlemlemek agisindan
onemlidir (Risk, 2015). Madde bankasinin siirekliligine iliskin olarak Egitimde ve
Psikolojik Testlerde Standartlar (Standards for Educational and Psychological Testing)
icerisinde yer alan bir Oneride, test uygulayan kurumlarin madde bankalarindaki
maddelere iliskin periyodik kontroller yapmasi gerektigi, ancak boylelikle uzun yillar
ortak bir dlcek ilizerinde degerlendirme yapabilmenin miimkiin olacagi belirtilmistir.
Mesleki, yasal ve bilimsel alanlardaki gelismeler, test iceriklerinin de gilincellenmesi
ithtiyacini giindeme getirmektedir. Bu degisimin siirekliligine paralel olarak mesleki ve
bilimsel alanlara iliskin tanimlar degismektedir. Bu dogrultuda test iceriklerinin de bu
degisimi yansitacak sekilde gozden gecirilmesi gerekmektedir (Standards; American
Educational Research Association [AERA], American Psychological Association [APA]
ve National Council on Measurement in Education [NCME], 2014). Yukarida s6zii edilen
gerekceler, madde bankalarmin giincelligine iliskin kontrollerin diizenli olarak
yapilmasina olan ihtiyaci ortaya koymaktadir.

Bir madde bankasinda yer alan maddelerin uzun siire kullanilmasi, maddelerin
niteligine iliskin siirekliligi saglamay1 giiclestirmektedir. Ornegin, bazi1 maddelerin
uygulamalarda goriilme sikligi, diger maddelerden daha yiiksek olabilmektedir. Bu
durum bireylerin ilgili maddelere asina olmasina neden olmaktadir. Madde bankasinin
giivenligi saglanmis olsa bile bireylerin maddelerle olan bu etkilesim siklig1, giivenligi
tehdit eden bir unsur olmakta ve madde parametrelerinin zamanla degismesine neden
olmaktadir. Bu degisim, madde parametre sapmasi (kaymasi) (MPS-Item Parameter
Drift) olarak adlandirilir (Bock vd., 1988).

[Ik olarak 1980’lerde alanyazinda yer almaya baslayan MPS, farkl1 sekillerde
tanimlanmaktadir. Bu tanmimlardan bazilari; bazi maddelerin bir ya da daha fazla
parametresinin zamanla degisimi (Goldstein, 1983); arka arkaya yapilan uygulamalarda
madde parametrelerinin degiskenlik gdstermesi (Bock vd., 1988) veya madde
parametrelerinin  zaman igerisinde sistematik olarak farklilasmas1 (Hatfield ve
Nhouyvanisvong, 2005) seklindedir. Bazi arastirmacilar da MPS’yi, degisen madde
fonksiyonu (DMF) olarak tanimlamaktadir. Ancak iki kavram farkli durumlar:1 ifade
etmektedir. DMF, farkli test uygulamalarina katilan gruplarda bazi maddelerin farkli
performans gostermesi iken (Babcock ve Albano, 2012); MPS, madde parametrelerinde
zaman igerisinde ger¢eklesen degisimdir (McCoy, 2009). Bir diger deyisle DMF, madde

parametrelerinin gruplar arasinda (cinsiyet, etnik gruplar vb. Ozelliklere gore)



farklilagmas1 iken; MPS madde parametrelerinin gruplar arasinda farklilasmasindan ¢ok,
zaman icerisinde kullanim siklig1 ile iliskili olarak farklilasmasini ifade etmektedir.

Sapma durumunun parametre, dlgek veya 6lgiilen yapida olmak tizere farkl tiirleri
vardir. Buna bagli olarak sapmanin farkli tiirleri vardir. Bunlardan biri parametre
sapmasidir (parameter drift). Parametre sapmasi, bir maddenin parametrelerinin zaman
icerisinde sistematik olarak farklilasmasi olarak tanimlanmaktadir. Olgek sapmasi (scale
drift), coklu test uygulamalarinda rastgele hatanin birikmesi (Livingston, 2004) veya
zamanla yapt veya igerigin farklilagsmasindan kaynakli olarak oOlgme Olceginin
farklilasmasidir (Babcock ve Albano, 2012). Yap1 sapmasi (construct shift) ise farkl: test
formlar1 i¢in yapidaki farklilasma olarak tanimlanmaktadir (Martineau, 2004).

MPS, nitelikli madde yazildigi veya madde bankasinin giivenliginin saglandigi
durumda bile karsilagilabilecek bir problemdir. Bu problemin ortaya ¢ikmasinin farkli
nedenleri vardir ve etkisi pozitif (zor), negatif (kolay) veya her iki yonde olabilmektedir.
Bir madde zamanla zorlasiyorsa (pozitif yonde sapma gosteriyorsa), bunun temel
nedenleri; tarihi ve kiiltiirel de§isimler, madde kalibrasyonunun dogru yapilmamasi,
maddenin dl¢ekteki yerinin (item location) yanlis hesaplanmasi, bilgi, yetenek ve 6gretim
etkinliklerindeki degisimlerdir. Bir madde zamanla kolaylasiyorsa (negatif yonde sapma
gOsteriyorsa), bunun nedenleri de; maddelerin ¢ok fazla kullanilmasi, madde
kalibrasyonunun dogru yapilmamasi, politika veya miifredattaki degisimler, kopya veya
giivenlik aci1g1, bilgi, yetenek ve 6gretim etkinliklerindeki degisimler, maddenin 6lgekteki
yerinin yanlis hesaplanmasi, tarihi ve kiiltiirel degisimlerdir (Li, 2008; Stahl ve Muckle,
2007). Her iki yonde sapma goriilmesi ise madde bankasindaki bir kistm maddenin zor,
bir kistm maddenin ise kolay yonde sapma géstermesi anlamina gelmektedir. MPS’nin
yalnizca zor veya kolay yonde olmasi, her iki yonde olmasina gore yetenek kestirimlerini
daha olumsuz etkilemektedir (Babcock ve Albano, 2012). Yukarida sozii edilen
nedenlerle MPS, bireylerin puanlarmin yorumlanmasinda ya da programlarin
degerlendirilmesinde hatalara yol agmaktadir (Kolen ve Brennan, 1995).

Madde parametre sapmasinin bahsi ge¢en nedenlerine bagli olarak bazi olumsuz
sonuglar ortaya c¢ikmaktadir. Bunlar igerisinde en Onemlisii, MTK’nin temel
varsayimlarindan biri olan degismezlik varsayiminin ihlal edilmesidir. MPS goriilmesi
durumunda 6lgme sonuglarina hata karigmakta ve dlciilmesi gereken asil yapmin disina
¢ikilmaktadir. Olgiilmesi amaglanan yapiyla ilgisi olmayan degiskenlerin 6lgme
sonuclarina karismast da gecerligi diisiirmektedir (McCoy, 2009). Degismezligin

saglandig1 durumda puanlar arasindaki fark, bireylerarasi yetenek farkliliklarmi veya
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zamana bagli olarak bireylerin gelisimini dogru bir sekilde yansitmaktadir. Ancak
MPS’nin oldugu durumda, madde parametrelerinde degismezlik gerektiren, test esitleme,
test gelistirme/paralel test gelistirme, BOBUT gibi uygulamalarda bazi problemlere
neden olmaktadir (Li, 2008). Ornegin, MPS olmas1 test esitlemede esitleme hatasini
arttirmakta, BOBUT uygulamalarinda da ontest maddelerinde olmasi halinde madde
kalibrasyonunda hatalara neden olmaktadir (Meng, Steinkamp ve Matthews-Lopez,
2010).

MPS’nin ortaya ¢ikardig1 bir diger 6nemli sorun, 6zellikle bir bireyin puaninin
kesme puanina ¢ok yakin olmasi, iki bireyin puanmin birbirine ¢ok yakin olmasi veya
norm dayanakli degerlendirmelerde goriilmektedir. Bu durum, bireylerin yetenek
kestirimlerinde sapmaya ve gegti-kald1 kararlarmin yanlis verilmesine neden olmaktadir
(Rupp ve Zumbo, 2006). MPS’nin bir bagka olumsuz sonucu da birikimli etkisi ile
ilgilidir. Test i¢in yeterli yanitlama siiresinin verilmemesi, bireylerin test sonunda yer alan
bazi maddelere erisememesine ve buna bagli olarak test sonunda yer alan maddelerin,
oldugundan daha gii¢ gériinmesine neden olmaktadir. Bu durum, ilerleyen yillarda 6nceki
test maddeleri ile yapilan 6lgeklemeyi etkilemektedir. Bu dongii yillar boyunca devam
ettiginde de 6lgme Glgeginin kaymasina/sapmasina (measurement scale to drift) neden
olmaktadir (Wise ve Kingsbury, 2000). Ol¢egin uzun yillar tutarhligmi koruyamamasi
ise, puanlarin ve farkli test uygulamalarmin karsilastirilabilirliginde hatalara neden
olmaktadir (Guo ve Wang, 2003).

[lgili alanyazinda yapilan ¢alismalar, MTK modellerinin MPS’nin yukarida séz
edilen etkilerini belli bir dereceye kadar tolare edebildigini gostermektedir. Rupp ve
Zumbo (2003; 2004) orta diizeydeki MPS’nin MTK modelleriyle yapilan yetenek
kestirimlerini 6nemli diizeyde etkilemedigini belirtmislerdir. Bu durum, MPS’nin daha
cok kagit-kalem uygulamalarinda iki zaman noktasi gibi smirli bir kapsamda
degerlendirilmis olmasidan kaynaklanmaktadir (Rupp ve Zumbo, 2003a, 2003b; Wells,
Subkoviak ve Serlin, 2002;). Oysa ki MPS’nin etkilerinin ortaya ¢ikmasi igin uzun bir
siire¢ gerekmektedir (Kim ve Cohen, 1992). ilgili alanyazinda yapilan galigmalarda,
MPS’nin belirlenebilmesi i¢in ilgili test maddelerinin ikiden fazla kez, farkli zamanlarda
uygulanmasi gerektigi belirtilmektedir (Babcock ve Albano, 2012; Chan, Drasgow ve
Sawin, 1999; Deng ve Melican, 2009; Kim ve Cohen, 1992).

MPS’nin bir diger etkisi de BOBUT uygulamalarinda goriilmektedir. Bu etki hem
madde hem de yetenek parametre kestirimlerinde hataya neden olmasindan dolayi iki

yonlii olarak diistiniilmektedir: Madde parametreleri agisindan, eski madde parametre
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kestirimleri, yeni test maddelerini Ol¢eklemek amaciyla kullanildiginda madde
parametrelerinin kalibrasyonunda hataya neden olmaktadir. Yeni test maddeleri, BOBUT
madde bankasiyla kalibre edilirken, MPS’li maddelerden dolayr madde bankasindaki
madde parametreleri sabit kalmayabilir. Diger etkisi ise, gercek madde parametrelerinden
sapma, ontest maddelerinin yanlig kalibre edilmesine ve zamanla tiim 6l¢egin sapmasina
neden olabilir. Bu durum da bireylerin yetenek kestirimlerinde hatalara neden olur.
BOBUT’un basarili bir sekilde uygulanabilmesi, madde bankasmin biitiinligline
(integrity of item pool) ve madde parametrelerinin siirekliligine baglidir (Deng ve
Melican, 2010).

BOBUT uygulamalarinda, 6zellikle madde bankasindaki maddelerin ¢ok fazla
ifsa edilmesinin ciddi diizeyde MPS’ye neden oldugu belirtilmektedir (Bock vd., 1988).
Bu nedenle madde bankasindaki madde parametrelerinin siirekli kontrol edilmesi ve
madde bankalarmin diizenli olarak giincellenmesi gerekmektedir. Bu durum da BOBUT
uygulamalarmda MPS calismalarinin  yapilmasini  gerektirmektedir. Alanyazinda
MPS’nin yetenek kestirimine etkisini gdsteren calisma sayisi cok azdir. Bu ¢aligmalardan
bir kismu sabit uzunluktaki testler (Babcock ve Albano, 2012; Demirus ve Uysal, 2016;
Lee ve Geisinger, 2019; Wells vd., 2002; Wollack, Sung ve Kang, 2005), bir kismi1 da
BOBUT uygulamalarindaki testler i¢in yapilmistir (Aksu ve Diinya, 2017; Guo ve Wang,
2003; Han ve Guo 2011; Hagge, Woo ve Dickison, 2011; McCoy, 2009; Risk, 2015;
Wells vd., 2002; Zhang, 2014). Bu durumun incelenmesi ozellikle genis Olgekli test
uygulamalari, yeterligin test edildigi durumlar ve se¢gme ve yerlestirme kararlarinin
almdig1 test uygulamalarinda 6nemlidir. Bu smavlarda MPS’nin goriilmesi, bireylerin
yetenek kestirimlerinde hatalara neden olmakta, testin gecerligini olumsuz etkilemekte,
bireyler hakkinda giivenilir olmayan kararlar alinmasina neden olabilmekte ve yapilan

test uygulamalarmin adilligini tartismaya agik hale getirmektedir (Risk, 2015).

Sabit Uzunluktaki Test Uygulamalarinda Madde Parametre Sapmasinin

Incelendigi Arastirmalar

Yukarida belirtildigi tizere MPS’nin oldugu durumlar, MTK varsaymmlarinin
ihlaline, madde kalibrasyonu ve yetenek kestirimlerinde hatalara neden olarak gecerligi
olumsuz etkilemektedir. MPS’nin ortaya ¢ikardig1 bir diger sorun ise bireye uyarlanmis
testlerde yetenek kestirimlerinde goriilebilir. Bu nedenle bu ¢aligma kapsaminda MPS’nin

BOBUT uygulamalarinda yetenek kestirimleri, test bilgi fonksiyonu ve test etkililigi
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tizerindeki etkisi incelenmektedir. MPS’nin incelendigi ¢alismalarin birgogu test
uzunlugunun sabit oldugu geleneksel test uygulamalari i¢in yapilmistir. Bu ¢aligmalarda
farkli MTK modelleri, MPS kosullar1 ve sinavlar kullanilarak MPS’nin etkileri
incelenmistir. Ilgili alismalar bu kisimda kronolojik olarak 6zetlenmistir.

Bock ve digerleri (1988) MPS oldugu durumda MTK 6lgeginin siirekliligini
korumasi iizerine bir calisma yapmuslardir. Calismada Universite Fizik Basar1 Testinin
(College Board Physics Achievement Test) mekanik alt testinde yer alan 29 madde analiz
edilmistir. Madde parametrelerini ve bu parametrelerin 10 yillik bir siire¢ icerisindeki
degisimini, ii¢ parametreli zaman bagimli model (3PL time-dependent model) ile tahmin
etmislerdir. Orneklem biiyiikliigiiniin 2380 ile 3634 arasinda degistigi ¢alismada bes
zaman noktasinda Olglimler alimmistir. Calisma sonucuna goére MPS’nin biiyiik
orneklemlerde zaman igerisinde sistematik olarak ortaya ciktig1 bulgusuna ulagilmistir.
Yapilan ANOVA analizlerine gore her iki test i¢in de MPS’nin madde gicliik
parametresini, madde ayiricilik parametresinden daha ¢ok etkiledigi belirtilmistir. Testte
yer alan bazi fizik maddelerinin madde giicliik degerlerinin zamanla farklilastigini ve bu
farkliligin istatistiksel olarak manidar oldugunu bulmuslardir. Arastirmacilar bu durumun
nedeninin on yillik siirecte fizik Ogretiminde meydana gelen degisimler olarak
aciklamiglardir.

Chan ve digerleri (1999) tarafindan yapilan ¢alismada Silahl1 Hizmetler Mesleki
Yeterlik Bataryasmmin (Armed Services Vocational Aptitude Battery-ASVAB)
psikometrik tutarliligi incelenmistir. ASVAB, Amerikan ordusuna personel segme
amaciyla, yilda bir kez uygulanan bir yetenek testidir. Bireylerin gelecege yonelik
akademik ve mesleki basarismi kestirmede kullanilmakta ve dokuz alt testten
olugmaktadir. Bireylerin gelecege yonelik basarisini da kestirmesinden dolayi, farkl alt
boyutlarda maddelerin zamana bagli degisimleri incelenmistir. 16 y1l boyunca beg zaman
noktasinda 6l¢lim alimmis ve degisen madde fonksiyonu ve degisen test fonksiyonu ile
ilgili analizler yapilmistir. Calisma kapsaminda birey sayismin 2600 ile 12.300 arasinda
degistigi veri setleri kullanilmistir. 200 maddenin analiz edildigi uygulamada madde ve
test karakteristik egrileri incelenerek, maddelerin zamana kars1 tutarliligi incelenmistir.
200 maddeden 25 (%12.5) tanesinin giiclik degerinde 6nemli degisiklikler oldugu
belirlenmistir. Giigliik diizeyinde degisme olan maddeler incelendiginde; genel yetenek
ile ilgili maddelerin zamanin etkisine daha dayanikli oldugu, anlam ¢ikarmaya dayali
maddelerin ise zaman etkisinden daha olumsuz etkilendigi belirlenmistir. Bu bulgu,

ozellikle anlam ¢ikarmaya dayal test maddelerinin zamanm etkisine karsi daha hassas
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oldugunu ve bu nedenle madde bankasmin siirekli kontrol edilmesi gerektigini ortaya
koymustur. Degisen test fonksiyonu ile ilgili olarak test karakteristik egrileri
incelendiginde ise ortalama test puanlari arasinda biiyiik farklar oldugu, ancak bu farklara
ilisgkin etki biiyiikliiklerinin diisiik oldugu belirlenmistir. Bu degisim de ASVAB alt
testlerinin Gzelliklerinden ¢ok, sinava giren bireylerin Ozellikleri ile iligkili olarak
degerlendirilmistir.

Wells ve digerleri (2002) MPS’nin yetenek kestirimleri tizerindeki etkisini 2
parametreli lojistik model (2PLM) ile incelemistir. Simiilatif verilerin kullanildig:
calismada; orneklem biiyiikligii (300 ve 1000), test uzunlugu (40 ve 80 madde), MPS
yiizdesi (%5, %10, %15 ve %20), MPS tiirti (-a parametresi sapmasi, -b parametresi
sapmas1 ve —ab parametresi sapmasi), MPS biiyiikligii (0.40 ve 0.50 logit) ve iki zaman
noktast kosullar1 ile calisilmistir. MPS’nin degerlendirilmesinde ortalama hatalarin
karekokii (OHKK) kullanilmistir. MPS, yetenek kestirimlerini en fazla 1000 kisilik
orneklem biiylikliigii, -a ve —ab parametre sapmasit ve MPS’nin %20 oldugu kosulda
etkilemistir. Arastirmacilar, belirlenen kosullar altinda MPS’nin yetenek kestirimlerine
etkisini diisiik diizeyde bulsa da, yetenek kestirimlerini en ¢ok etkileyen iki faktoriin
orneklem biiyiikliigli ve MPS yiizdesi oldugunu belirtilmislerdir.

Demars (2004), ¢oklu test uygulamalarinda MPS’yi belirlemede zaman baglamli
MTK modellerinden (time-dependent IRT model) KPC (Kim, Park, Cohen procedure),
CUSUM (Cumulative Sum) ve BILOG-MG (Zimowski, Muraki, Mislevy ve Bock, 2003)
modellerini  karsilagtrmistir. Calismada ii¢ parametreli lojistik model (3PLM)
kullanilmistir. 100 maddelik madde bankasinda 10 maddenin madde giigligii 0.25, 0.50
ve 1.00 logit, madde ayirt ediciligi de 0.05 ve 0.10 logit biiyiikligiinde MPS gdsterecek
sekilde simiile edilmistir. Veriler bes zaman noktasinda toplanmis ve iig, dort ve besinci
zaman noktalarinda MPS degerlendirilmistir. MPS kosullar1 dogrusal, diizgiin olmayan
ve ani degisim gosterecek sekilde diizenlenmistir. Tiim kosullar i¢in KPC ve BILOG-MG
yontemlerinin CUSUM yontemine gore madde aywriciik ve madde giiglik
parametrelerindeki MPS’yi belirlemede daha iyi performans gosterdigi saptanmistir.

Wollack ve digerleri (2005) yaptiklari ¢alisgmada MPS’nin boylamsal etkisini
aragtirmiglardir. Aragtirmada her yil uygulanan ve yaklasik 55 maddesi olan Almanca
Yerlestirme Testi (German Placement Test) kullanilmistir. Bu teste iliskin yedi zaman
noktasinda elde edilen 750-1000 kisiye ait veriler kullanilmigtir. Arastirmada 10 farkl
Olcekleme modelinde MPS’nin etkisi arastirilmistir. MPS’nin yetenek kestirimlerine

etkisini degerlendirmede modellere iliskin korelasyonlar, ortalama farklar ve ortalama
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farklarin karekdkii (root mean square difference) degerleri kullanilmis ve 3PLM’ye gore
degerlendirmeler yapilmistir. Arastirmanin bulgulari, farkli 6lgekleme modellerindeki
MPS’nin yetenek Kestirimleri tizerinde etkisi oldugunu ortaya koymus, ancak modeller
arasindaki fark biiyiik olsa da, pratikte bu farklarin diisiik oldugu belirtilmistir. Bir baska
deyisle, MPS gosteren maddelerin sayisinin ve MPS miktarinin diisiik oldugu
belirtilmistir. Bunun yani1 sira gézlenen ve beklenen yetenek degerleri arasindaki farkin
diistik ¢ikmasi, MTK modellerinin MPS’ye yeterince dayanikli oldugunu ve MPS
oldugunda bile giivenilir bir sekilde yetenek kestirimi yapilabilecegini gostermistir.

Giordano, Subhiyah ve Hess (2005) 6grencilerin sinif ortami disinda yaptiklari
(take-home) sinavlarda kopya ¢ekme davranisi olabileceginden, maddelerin goriilme
sikliginin  MPS  baglaminda testin gegerligine etkisini incelemislerdir. Calisma
kapsaminda sertifika yenilemek igin yilda iki kere smif ortami disinda alinan ulusal bir
smavin verileri kullanilmistir. Bu sinavda bireylerin, cevaplar1 birbirleriyle
tartigabilecekleri veya maddeleri kaydedebileceklerinden yola c¢ikilarak, bu durumun
madde giicliik parametrelerini nasil etkileyebilecegi arastirilmistir. Ug aylik periyotlarda
her uygulamada 300 yeni maddenin kullanmildigi bu smavdan 60 madde secilmistir.
Secilen 60 madde, arka arkaya yapilan ii¢ uygulamada 1018 bireye uygulanmis ve madde
parametrelerindeki degisim incelenmistir. Bu baglamda hem MPS’nin etkisi hem de
maddelerin goriilme sikliginin gegerlige etkisi incelenmistir. Madde parametre kestirimi
Rasch model ile yapilmig ve MPS tiim maddeler i¢in kontrol edilmistir. Arastirma
sonunda 60 maddeden 12’sinin (%20) manidar diizeyde MPS gosterdigi bulunmustur.
MPS gosteren maddelerden alt1 tanesi kolay, alt1 tanesi zor yonde MPS gdstermistir. Bu
kadar az maddede zor yonde MPS gézlenmesi, bireylerin maddeleri siirekli gérmesi
durumunda bile, bunu kendi lehlerine kullanamadiklar1 seklinde yorumlanmustir. Ayrica
arastirmacilar bu ¢alisma kapsaminda katilimce1 sayisinin az olmasi ve elde edilen madde
istatistiklerine gore maddelerin tekrarl kullanilmasinin gegerligi etkiledigine dair kesin
bir sey s6ylemenin miimkiin olmadigini belirtmislerdir.

Li (2008) yaptigi bir c¢alismada, boyutlulugun MPS iizerindeki etkisini
incelemistir. Ortak maddelerde MPS goriilmesi durumunda bunun tek boyutlu MTK
modellerinde parametre Kkestirimlerini ne diizeyde etkiledigi ve bu durumun g¢esitli
boyutluluk kosullarinda parametre degismezligini ne diizeyde etkiledigi arastirilmistir.
Bu baglamda Ingilizce Yeterlik Belgesi Smavina (Examination for the Certificate of
Proficiency in English- ECPE) giren 70.000 kisiye ait veriler kullanilmigtir. Veriler, alt1

yillik bir siire¢ icerisinde li¢ zaman noktasinda elde edilmistir. 70.000 kisilik veriden her
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uygulama ig¢in 2000 birey rastgele secilmistir. Madde bankasindan da farkl
kombinasyonlarda maddeler segilerek bir, iki ve li¢ boyutlu testler olusturularak giicliik
ve ayut edicilik degerlerindeki sapmalar incelenmistir. Analizler 3PLM’ye gore
gerceklestirilmistir. Elde edilen sonuglar, madde giicliik parametresinin tek ve c¢ok
boyutlu yapilar altinda degismezligini koruyabildigini, ancak aywt edicilik
parametresinin degismezlik 06zelligini koruyamadigini gostermistir. Madde ayirt
ediciliginin degigsmezlik 6zelligi, boyut sayisi azaldik¢a bozulmustur. Bu bulgu, MPS’yi
belirlemede boyut sayisinin etkili bir faktor oldugunu ortaya koymustur.

Babcock ve Albano (2012) tarafindan yapilan ¢alismada MPS olmasi durumunda
Rasch 0lceginin tutarli@i incelenmistir. Simiilasyon verilerin kullanildigi c¢alismada
orneklem biiylikliigii 500, madde sayis1 220, MPS biiytikligi (0.00, 0.05, 0.10, 0.20 ve
0.50), MPS yonii (kolay, zor ve her iki yonde), MPS yiizdesi (%0, %1, %5, %10) ve iKi
zaman noktasi kosullar1 ile calisilmistir. Gegme orani, siniflama orani ve birey uyum
istatistiklerine iliskin OHKK ve yanlilik degerleri hesaplanmig ve bunlara iliskin
ANOVA analizleri yapilmistir. Arastirma sonucuna gore %10 oraninda MPS olmasinin
yetenek kestirimlerini 6nemli diizeyde etkiledigi, MPS miktar1 arttik¢a hatanin arttig1 ve
MPS’nin her iki yonde gerceklesmesi durumunda yanlihigin sifira yaklastigi goriilmiistiir.
Temel diizey veri seti ile karsilastirildiginda, MPS’nin zor yonde olmasi durumunda
yanlis siniflama oraninin arttigi, kolay yonde olmasi durumunda daha az yanlis siniflama
yapildigi, her iki yonde olmasi durumunda ise siniflama dogrulugu agisindan 6nemli bir
farkin ortaya ¢ikmadigi belirlenmistir. Gegme oranlar1 incelendiginde, kolay ydnde
sapma olmasi durumunda bireylerin yetenek kestirimlerinde sismeler olustugu ve
ogrenciler hakkinda yanlis gecti karar1 alma olasiligmin arttig1 sonucuna ulasilmistir.
Buna ek olarak, test uygulamalar1 arasindaki zaman ve MPS miktar1 arttik¢a, birey uyum
istatistiklerinde cok diisilk diizeyde degisimler oldugu belirlenmistir. Arastirma
sonucunda genel olarak, ortiikk degiskendeki degisimler diisiik diizeyde oldugu siirece
Rasch modelin bu degisimlere dayanikli oldugu ve 6zellikle degisim iki yonlii oldugunda,
madde ve birey parametrelerine iliskin dogru ¢iktilar verdigi belirtilmistir. Ancak biiyiik
miktardaki degisimlerin 6lgegin uzun siire kullanimini olumsuz ydnde etkileyecegi
uyarisinda da bulunulmustur.

Demirus ve Uysal (2016) MPS’nin test esitleme tizerindeki etksini Monte Carlo
simiilasyon g¢aligmasi ile incelemislerdir. MPS’nin esitleme tizerindeki etkisi ortalama-
ortalama, ortalama-sigma, Haebara ve Stocking-Lord yontemleri kullanilarak ortaya

konmustur. Arastirmada MPS’nin sadece arttig1 ve sadece azaldigi tek yonlii kosul ile
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ayni zamanda hem artt1ig1 hem azaldig1 ¢cok yonlii kosul simiilasyon kosulu olarak ele
almmigtir. MPS’nin olmadig1 kosul ile MPS’nin oldugu durumda elde edilen esitleme
hatalar1 (RMSD) karsilastirilmistir. Simiilasyonda madde gii¢liik parametresinde 0.50
logit diizeyinde MPS olusturulmus ve MTK modellerinden 3PLM kullanilmistir.
Arastirmanin sonucuna gore ortak maddelerin madde giicliik parametresinin azalan yonde
MPS gosterdigi durumda en biiylik esitleme hatas1 Stocking-Lord yonteminde, en diisiik
hata ise ortalama-ortalama yonteminde elde edilmistir. Madde gii¢liik parametresinin
artan yonde MPS gosterdigi durumda ise en biiylik esitleme hatasi ortalama-sigma
yonteminde, en diisiik esitleme hatasi da Stocking-Lord yonteminde elde edilmistir.
Madde giicliilk parametresinin ortak maddelerde hem artan hem azalan yonde MPS
gosterdigi durumda ise en yiiksek esitleme hatasi ortalama-sigma yonteminde, en diisiik
hata da ortalama-ortalama yonteminden elde edilmistir.

Lee ve Geisinger (2019) MPS’nin etkilerini TIMSS 2011 smavindan aldiklar {i¢
farkli uzunluktaki 6l¢ek iizerinde incelemisler ve MPS’li maddelere ne yapilmasi
gerektigi konusunda en uygun yolu belirlemeyi amaglamiglardir. Bu amag dogrultusunda
Olgek uzunlugu (3, 6 ve 9 maddelik 6lgekler), MPS gosteren madde orani (3 maddelik
Olgek igin %34 biiyiik; 6 maddelik dlgek igin %12-17 diisiik ve %34 biiyiik; 9 maddelik
Oleek icin de %12-17 diisiik, %22 orta, %34 biiylik), MPS’nin yonii (negatif, pozitif ve
her iki yonde), MPS’nin biyiikligi (0.10 logit diisiik, 0.20 logit yiiksek) ve MPS
hakkinda verilecek karar (MPS gosteren maddenin tutulmasi, MPS gosteren maddenin
diizeltimesi, MPS gosteren maddenin c¢ikartilmasi) faktorlerini degisimlemislerdir.
Aragtirmanim sonucuna gore madde sayisi az olan Ol¢eklerde yetenek kestirimi ve
bireylerin siniflandirilmasinda MPS’nin 6nemli diizeyde etkisi oldugu belirtilmistir.
Ozellikle yetenek tahminlerinin ug noktalarda oldugu durumda, smiflama dogrulugunun
azaldigr bulgulanmistir. Bu dogrultuda ozellikle kisa Olgeklerde MPS gdsteren
maddelerin revize edilmesinin, MPS’nin etkilerini azaltmak bakimindan 6nemli oldugu
belirtilmistir.

Sabit uzunluktaki test uygulamalarmda MPS’nin incelendigi g¢alismalarda
MPS’nin yetenek kestirimlerini, dolayisiyla 6lgme kesinligi (Babcock ve Albano, 2012;
Bock vd., 1988; Chen vd., 1999; Giordano vd., 2005; Wells vd., 2002) ve test esitlemeye
etkisinin (Demirus ve Uysal, 2016) 6nemli diizeyde oldugu, bu bulgularin yani sira
ozellikle madde sayisinin kisa oldugu likert tipi 6l¢eklerde MPS’nin etkilerinin daha ¢ok
oldugunu (Lee ve Geisinger, 2019) belirten ¢alismalar mevcuttur. Bunun yaninda MTK

olgeginin MPS’ye dayanikli olmasindan dolay: yetenek kestirimlerinin énemli diizeyde
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etkilenmedigini gosteren ¢alismalar da literatiirde yer almaktadir (Li, 2008; Wollack vd.,
2005). Ilgili ¢alismalarda farkli bulgularin elde edilme nedeni farkli smavlar, farkl
orneklem biiytikliigii, madde bankas1 biiyiikliigii, MPS kosullar1 ve MTK modelleri ile

calisilmis olmasi olabilir.

Bilgisayar Ortaminda Bireye Uyarlanmis Test Uygulamalarinda Madde Parametre

Sapmasimn Incelendigi Arastirmalar

MPS’nin yetenek ve madde parametrelerine etkileri, MPS oldugu durumda MTK
modellerinin siirekliligi ve MPS belirleme yontemleri gibi ¢alismalar genellikle sabit test
kosulu altinda arastirilmistir. Ancak bu yontem ve teknikler BOBUT uygulamalar1 i¢in
uygun degildir. Bu nedenle 6zellikle BOBUT uygulamalarinda MPS’nin arastirildigi
caligmalar da yapilmistir. Burada, alanyazinda BOBUT ve MPS’nin birlikte incelendigi
calismalar kronolojik olarak 6zetlenmistir.

Guo ve Wang (2003) bir test programi i¢in puanlarm karsilastirilabilir olmasinin
Onemini vurgulamislar ve puanlarin karsilastirilmasinda 6l¢ek tutarliliginin 6nemli bir
faktor oldugunu belirterek 6lcek kaymasinin (scale drift) BOBUT uygulamasina etkisini
incelemislerdir. Calisma hem ger¢ek hem simiilatif verilerle yiiriitiilmiis olup, yetenek
kestirimlerindeki yanlilik ve test puanlarindaki degisim hesaplanmistir. Gergek veri ile
yapilan uygulamada bir BOBUT uygulamasmdan 31 madde, 20 ay ara ile iki zaman
noktasinda uygulanmig ve kalibre edilmistir. Simiilatif veri ile yapilan uygulama igin
gercek uygulamadan elde edilen yetenek dagilimlar1 kullanilarak veriler {iretilmis ve
madde giiclik parametresinin kolay yonde degistigi durum ele almmustir.
Degerlendirmede yanlilik degerleri, test ve madde karakteristik egrileri karsilastiriimistir.
Arastirma sonucunda diisiik miktarda yanlilik gézlendigi ve bunun pratik anlamda 6nemli
olmadig1 belirtilmistir. Bunun yaninda dlgek kaymasinin test puanlarimni etkiledigi ancak
iki zaman noktasi arasindaki bu degisimin ¢ok diisiik diizeyde oldugu belirlenmistir.
Arastirmacilar, test puanlar1 arasindaki degisim diisiik olsa da test karakteristik
egrilerindeki degisimler, iki 6l¢lim arasindaki 6l¢egin birbirinden ¢ok farkli olmasi
durumunda, 6lgme kesinliginin olumsuz yonde etkilenecegini belirtmislerdir. Bunun yani
sira bu durumun BOBUT uygulamalariyla elde edilen yetenek Kestirimlerinin, biiyiik
sapmalara kars1 hassas oldugunu belirtmislerdir.

Deng ve Melican (2009), BOBUT uygulamalarinda MPS’yi ¢oklu zaman

noktalarinda ¢aligmiglardir. Calisma kapsaminda okuma, yazma ve matematik becerisini
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olgen ve uyarlamali test olan ACCUPLACER® testi degerlendirilmistir. Testi 2004-2007
yillar1 arasinda alan 800.000’in iizerinde bireyin verileri kullanilmig ve maddelerin
goriilme sikliginda herhangi bir miidahalede bulunulmamistir. MPS’yi arastirmak icin
veri seti her yil kalibre edilmistir. Sadece 200 ve iizeri birey tarafindan yanitlanan
maddeler kalibrasyon i¢in kullanilmis olup, toplam 223 madde kalibre edilmis ve MPS
durumlar1 incelenmistir. Testin dort zaman noktasi i¢in 6l¢iimii alinmig, 3PLM ile analiz
edilerek ve a, b ve ¢ parametrelerindeki MPS incelenmistir. Degerlendirmede madde ve
test karakteristik egrileri karsilastirilmistir. Dort yillik siirec icerisinde ¢ok az sayida
maddede MPS oldugu belirlenmis, ancak hi¢bir madde sik goriilmesinden kaynakli MPS
gostermemistir. Arastirmacilar bunun nedeninin, testin kritik kararlarin alinmasinda
kullanilmayan (low-stake test) bir test olmasindan kaynakli oldugunu belirtmislerdir.
Jiang, Tay ve Drasgow (2009) geleneksel testler ve BOBUT uygulamalarinda
MPS’yi etkileyen faktorlerden biri olan maddelerin hatirlanma durumunu (memorizing)
caligmislardir. Calisma simiilatif verilerle yiritilmiis olup, veriler 1000 kisi ve 435
maddelik madde bankas1 seklinde iiretilmistir. Madde bankasindan rastgele maddeler
secilerek 30 ve 60 maddelik testler olusturulmustur. 30 maddelik test icin 5 madde, 60
maddelik test igin 10 madde Ogrenciler tarafindan hatirlanabilecek maddeler olarak
belirlenmistir. Testler, paralel formlar seklinde olusturulmus ve hem ¢oklu test
formlarmin hem test uzunlugunun maddelerin hatirlanma durumu tizerindeki etkisi
arastirilmistir. BOBUT uygulamasi i¢in sabit test uzunlugu durdurma kurali ve alt1 farkl
madde se¢cim yontemi ile calisilmistir. Analizler 3PLM’ye gore gergeklestirilmis,
degerlendirme kriteri olarak yanlilik degerleri karsilastirilmistir. Caligma sonucuna gore
test uygulanma sayisinin sabit oldugu durumda 60 maddelik uzun testin, 30 maddelik kisa
teste gore maddelerin hatirlanma olasiligina karsi daha dayanikli oldugu bulunmustur.
Geleneksel testlerde daha ¢ok madde igeren testin ve paralel formlarin test glivenligini
arttirdig: belirtilmistir. BOBUT uygulamalarinda da her bireyin farkli maddeleri almasi
ve bazi madde se¢im yOntemlerinin (a-tabakalama ve en yiiksek madde bilgisi)
maddelerin hatirlanma oranini diisiirmesi bakimindan daha iyi performans gosterdigi
belirtilmistir. Sonug olarak BOBUT uygulamalarinin, kopya veya maddelerin hatirlanma
durumuna geleneksel test uygulamalarina gore daha dayanikli oldugu vurgulanmustir.
McCoy (2009) BOBUT uygulamalarinda, madde bankasinda MPS’li madde
olmasi durumunda, bu durumun yetenek ve madde parametre kestirimlerine etkisini
Rasch modelin uzantis1 olan Boylamsal Rasch Model kullanarak incelemistir. Calisma

kapsaminda Amerikan Klinik Patoloji Dernegi- Tibbi Tekniker (American Society for
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Clinical Pathology- Medical Technologist ASCP- MT) sinavinin 1993-2003 yillari
arasina ait verileri kullanilmistir. Calisma kapsaminda 2555 kisi ve yedi alt 6lgekten
olusan 1270 maddelik madde bankas1 kullanilmistir. Arastirma sonucuna goére Boylamsal
Rasch Modelin, Rasch modele gore daha dogru yetenek ve madde parametre Kestirimi
yaptig1 sonucuna ulasilmstir. Ozellikle zaman faktdriiniin de modele eklendigi durumda,
Boylamsal Rasch Modelin daha iyi model-uyum indeksleri verdigi goriilmiistiir.
Boylamsal Rasch model ile 6nemli diizeyde MPS gdsteren maddelerin bir baska deyisle
madde gii¢lik parametresi degismezligi varsayimmin saglanmadigi durumlarin
belirlenebilecegi vurgusu yapilmistir. Boylamsal Rasch Model ile hem MPS gosteren
maddeler belirlenebilmekte hem de MPS gosteren maddeler kontrol degiskeni olarak ele
alinarak yetenek kestirimi yapilmaktadir.

Abad, Olea, Aguado, Ponsoda ve Barrada (2010) MPS’yi, BOBUT uygulamas1
olan Ispanyolca Konusanlarin Ingilizce Diizeyi (English level of Spanish speakers
(eCAT)) smavinda 3PLM kullanarak arastrmugslardir. Calisma kapsaminda 7254 kisi ve
3224 maddelik madde bankas1 kullanilmistir. Test birgok zaman noktasinda uygulanarak
ve madde bankasina yeni eklenen maddelerle eski maddeleri kalibre ederek degisen
madde fonksiyonuna iliskin analizler yapilmistir. Yeni eklenen maddelerle yapilan
kalibrasyon sonucu a ve b parametrelerindeki degisimden, yetenek kestirimlerinin orta
diizeyde etkilendigi, ¢cok az maddenin ise a ve ¢ parametrelerinde 6nemli diizeyde MPS
olustugu gozlenmistir. Bu nedenle de madde bankasinin bu tiir degisimlere kars: kontrol
edilmesi gerektigi vurgusu yapilmustir.

Hagge ve digerleri (2011) BOBUT uygulamalarinda farkli uzunluktaki testlerde,
madde giicliik parametresinde MPS olmasinin bireylerin yetenek kestirimlerine etkisini
Rasch model kapsaminda incelemislerdir. Calismada bireylerin yetenek kestirimlerinin
MPS’nin etkisine ne kadar dayanikli oldugu ve MPS’nin gecti-kald1 kararlarmni ne dlciide
etkiledigi arastirilmistir. Caligma kapsaminda iki zaman noktasinda 18.004 ve 52.765
kisinin katildig1 genis 6l¢ekli iki uygulamanin verileri kullanilmistir. Madde bankasindaki
maddeler rastgele secilerek MPS durumu olusturulmustur. MPS kosullari; maddelerin
%S5, %10 ve %20 oraninda, 0.50, 0.75 ve 1.00 logit biiyilikliglinde ve MPS yoniiniin
kolay, zor ve her iki yonde oldugu seklinde olusturulmustur. Aragtirma sonucuna gore
MPS biiyiikliigli ve MPS gdsteren madde yiizdesi arttik¢a yetenek kestirimleri arasi fark,
MPS olmayan yetenek kestirimine gore artmaktadir. En biiyiik fark hem yetenek kestirimi
hem de gecti-kald1 kararlar1 i¢in maddelerin %20’sinde 1.00 logit biiyiikliiglinde MPS
olan durum i¢in elde edilmistir. MPS yiizdesi ve biiyiikliigii arttik¢a yetenek kestirimleri
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acisindan fark artsa da, madde bankas1 biiyiikse, yetenek kestirimlerinin bu duruma daha
dayanikli olabilecegi vurgusu yapilmistir.

Han ve Guo (2011) pratik yapma ve miifredat degisiminden kaynakli MPS’yi
BOBUT baglaminda g¢alismiglardir. Arastirmada MPS’nin madde kalibrasyonu ve
yetenek kestirimlerine etkisi incelenmistir. Calismada hem ger¢ek hem simiilatif veri
kullanilmistir. Gergek uygulamalarda MPS’nin tiim bireylerde degil, testi alan bazi
bireylerde goriilebileceginden yola ¢ikilarak, bazi bireylerin aldigi maddelerde MPS
goriilmesi durumu incelenmistir. Mezun Yonetimi Kabul Testi’nin (Graduate
Management Admission Test- GMAT) madde bankasindan 1000 madde segilmis ve bu
maddelerden de 100 tanesi On test maddesi olarak belirlenerek 3PLM’ye gore kalibre
edilmistir. Calismada belirli bir grup bireyin aldigi maddelerin %10, %20, %30, %40 ve
%350’sinde MPS olusturulmus, digerlerinin aldigi maddelerde ise olusturulmamistir. MPS
gosteren maddelerin, madde giicliik parametresinde 0.50 logit biiytlikliigiinde MPS olacak
sekilde diizenlenmistir. MPS’nin olmadigi kosul temel diizey veri seti olarak
degerlendirilmistir. Bu sinava katilan 50.000 kisi i¢in iki zaman noktasinda ol¢iim
almmistir. Calisma sonucuna goére MPS’nin madde kalibrasyonu ve yetenek kestirimleri
tizerinde etkisinin yiiksek diizeyde oldugu, ancak bu etkinin istatistiksel olarak manidar
olmadig1 saptanmigtir. MPS’nin etkisinin iki zaman noktasinda ¢alisilmasidan dolay1 bu
etkinin manidar olmadigi, pratik yapma ve miifredattan kaynaklit MPS’nin etkisi daha
uzun vadede goriilebileceginden, bu durumun uzun siireli etkisinin incelenmesi gerektigi
belirtilmistir.

Zhang (2014), BOBUT uygulamasimda madde bankasinda gizliligi ifsa olmus bir
grup maddeyi bir sirali izleme siireci (sequential monitoring procedure) ile belirlemeye
yonelik bir calisma gerceklestirmistir. 400 maddeden olusan madde bankasinin
kullanildig1 genis 6l¢ekli bir sinavin verileri kullanilmig, normal dagilim gésteren 10.000
kisilik veri simiile edilmis ve iki farkli simiilasyon ¢aligmasi yapilmistir. Sonuglarin
degerlendirilmesinde Tip-I ve Tip-Il hata degerleri ele alinmistir. Arastirmanin sonucuna
gore sirali izleme stirecinin MPS’li maddeleri belirlemede Tip-I hatay: kontrol altinda
tutabilirken, Tip-II hatay1 ¢ok diisiik diizeyde kontrol altina alabildigi belirlenmistir.

Risk (2015) BOBUT uygulamasinda MPS’nin yetenek kestirimlerine etkisini
cesitli simiilatif kosullar altinda incelemistir. Calismada Rasch model kullanilmis olup
MPS’nin 6lgme kesinligi ve test etkililigi tizerindeki etkisi incelenmistir. Calisma 500
kisilik Orneklem ile yiriitilmiis ve degisimleme yapilan kosullar; madde bankasi

biiyiikligi (300, 500, 1000), MPS biiyiikligi (0.50, 0.75, 1.00), MPS gosteren madde
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sayist (50, 75, 100), MPS yonii (%75 zor, %25 kolay yonde olacak sekilde iki yonlii)
olarak belirlenmistir. Calisma sonucunda ortaya ¢ikan en 6nemli bulgu; MPS gosteren
madde sayisindan ¢ok MPS biiyiikliiglinlin 6lgme kesinligi {izerinde daha biiyiik etkisi
oldugudur. Ancak tiim kosullardan elde edilen bulgular genel olarak degerlendirildiginde,
temel diizey veri seti ile MPS olusturan kosullar arasinda ihmal edilir diizeyde farklar
ortaya ¢iktig1 sonucuna ulasilmistir.

Aksu Diinya (2017) BOBUT ortaminda MPS’nin yetenek Kkestirimleri ve
smiflama dogruluguna etkisini, MPS’nin alt gruplari etkiledigi kosul altinda incelemistir.
BOBUT uygulamasinda MPS’den etkilenen birey yiizdesi (%20, %30, %40, %50),
madde bankasidaki MPS’li maddelerin igerik alani yiizdesi (%20, %40, %60) ve madde
bankasindaki MPS’1i maddelerin hedef aldig1 grup (orta ve diisiik yetenek diizeyine sahip
bireyleri hedef alan maddeler) degiskenleri simiile edilmistir. Yanlilik, ortalama hatalarin
karekoki, maksimum ortalama fark ve korelasyon degerleri degerlendirme kriteri olarak
ele alinmistir. Arastirmanin bulgularina gore belirli bir grup birey MPS’li maddelere
maruz kaldigi durumda smiflama dogrulugu 6nemli diizeyde etkilenirken, ortalama
yetenek tahminleri MPS’den daha az etkilenmistir.

BOBUT uygulamalarinda MPS’nin arastirildigi calismalar incelendiginde
cogunlukla MPS’nin madde ve yetenek parametreleri lizerindeki etkisi iizerine
odaklanildig1 goriilmektedir. Bu caligmalarin bir kisminda MPS’nin BOBUT aracilidi ile
elde edilen yetenek kestirimlerine 6nemli diizeyde etkisi oldugu belirlenirken (Abad vd.,
2010; Hagge vd., 2011; Risk, 2015), yetenek kestirimleri lizerindeki etkisinin diisiik ve
onemli olmayan diizeyde oldugunu belirten ¢alismalar da bulunmaktadir (Aksu Diinya,
2017; Deng ve Melican, 2009; Guo ve Wang, 2003; Han ve Guo, 2011; Jiang vd., 2009;
McCoy, 2009). MPS’nin yetenek kestirimleri iizerinde diisiik diizeyde etkisinin oldugu
belirlenen ¢aligmalarda bunun nedeninin ya iki zaman noktas1 gibi az bir noktada 6l¢iim
alinmasindan ya da MTK modellerinin MPS kosullarina dayanikli olmasindan kaynakli
oldugu belirtilmistir.

Hem BOBUT hem sabit uzunluktaki kosullar i¢in yapilan arastirmalar genel
olarak gozden gegirildiginde, MPS ¢alismalarmin daha ¢ok maksimum performansin
oOlgtildiigii testlerde calisildigi goriilmektedir. Bu arastirmalarda ¢ogunlukla MPS’nin
yetenek parametresi, madde parametreleri ve madde kalibrasyonuna etkisi ve MPS
belirleme yontemleri incelenmistir. Bunun yani sira MPS baglaminda maddelerin
goriilme siklig1 ve kopyanin etkileri de incelenmistir. Belirtilen ¢aligmalar genellikle sabit

uzunluklu (fixed-lenght) veya sabit maddeli (fixed-item) testler i¢in yapilmistir. Ancak
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bu ¢aligmalarda kullanilan siire¢lerin ¢gogu BOBUT uygulamalari i¢in uygun degildir.
Bunun yaninda bu ¢aligmalarda genellikle 6rneklem biiyiikligii ve/veya madde bankasi
biiyiikliigii sabit tutulmus olup MPS’nin sadece yiizdesi, biyiikliigii, yonii gibi faktorler
ya tek tek ya da ikili kombinasyonlar seklinde incelenmistir. Ozellikle BOBUT
uygulamalari ile yapilan ¢alismalarda MPS’nin etkisi ¢cogunlukla iki zaman noktasi i¢in
incelenmistir. Ancak MPS’nin etkilerinin goriilebilmesi i¢in ikiden fazla noktada 6lglim
almak gerekmektedir. Ulagilabilen alanyazinda orneklem biiyiikliigii, madde bankasi
biiytikligli ve MPS’nin farkli kosullarini ele alarak bu durumun yetenek kestirimleri, test
bilgi fonksiyonu (TBF) ve test etkililigine etkisini inceleyen bir c¢aligmaya
rastlanmamistir. Bu nedenle MPS’nin BOBUT uygulamalarinda yukarida belirtilen
faktorler tizerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle bu ¢alismada,
BOBUT uygulamalarinda madde parametre sapmasmnin 6lgme kesinligi, test bilgi

fonksiyonu ve test etkililigi tizerindeki etkisi arastirilmastir.

Amacg

Bu ¢alismanin genel amaci BOBUT uygulamalarinda madde parametre sapmasi
gosteren maddelerin, 6lgme kesinligi, test bilgi fonksiyonu ve test etkililigi tizerindeki
etkisini incelemektir. Bu genel amag¢ dogrultusunda asagidaki arastirma sorularma yanit
aranmistir;

1. Orneklem biiyiikliigiiniin 1000, MPS biiyiikliigiiniin 0.00, 0.50, 0.75, 1.00 logit;
MPS gosteren madde oraninin %0, %5, %10, %20; madde bankas1 biiyiikliigiiniin 200,
500, 1000 oldugu ve ii¢ zaman noktasinda Ol¢iim alindigi durumda, BOBUT
uygulamalarinda 6lgme kesinligi, test bilgi fonksiyonu ve test etkililigi degerleri nasil
degismektedir?

2. Orneklem biiyiikliigiiniin 5000, MPS biiyiikliigiiniin 0.00, 0.50, 0.75, 1.00 logit;
MPS gosteren madde oraninin %0, %5, %10, %20; madde bankas1 biiytlikliigiiniin 200,
500, 1000 oldugu ve {ii¢ zaman noktasinda Ol¢lim alindigi durumda, BOBUT
uygulamalarinda dlgme kesinligi, test bilgi fonksiyonu ve test etkililigi degerleri nasil

degismektedir?
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Onem

Biiyiik madde bankalarinin kullanildigi ve 6zellikle test alanlar hakkinda 6nemli
kararlarin verildigi test uygulamalarinda MPS goriilmesi, yap1 ile iliskili olmayan
degiskenlerin 6lgme sonuglarina karigmasina neden olarak gecerligi diistiriir. Bu durum,
maddelerin daha kolay/zor goriinmesi ve/veya ayiriciliginin diismesine neden olur
(Donoghue ve Isham, 1998). Bunun yani sira bazi kavramlar teknolojik, kiiltiirel, sosyal
degisimlerden dolayr zamanla anlamlarin1 kaybetmekte veya anlamlar1 degismektedir
(Roznowski, 1989). Bu tiir nedenler, maddelerin veya testlerin “kullanim omrii (shelf
life)” kavramini giindeme getirmektedir. Bu durum, madde veya testlerin zamanla
kullanislihgini kaybettigini gdstermektedir. Ozellikle segme amagcli kullanilan testlerin
psikometrik Ozelliklerinin incelenmesi, testin gelistirilmesi ve standart test olarak
kullaniminin devam etmesi acisindan 6nemlidir. Ornegin, 25 maddelik bir testte,
maddelerin zamanla kolaylagsmas1 test puanlarinda 1-2 puanlik kaymalara yol
acabilmekte ve se¢me kararlarini Onemli diizeyde etkileyebilmektedir. Bu durum,
ozellikle de test alanin puaninin kesme puanima yakin olmasi durumunda daha da 6nem
kazanacaktir.

Madde parametre sapmasi, bireylerin yetenek kestirimleri ve gecti-kald1
kararlarinin verilmesinin dogrulugunu etkileyen bir durumdur. MPS’nin yetenek
kestirimleri ve test etkililigi iizerindeki etkisinin incelenmesi, sinavlarin bir biitiin olarak
giivenli bir sekilde birlestirilmesi ve test puanlarindan yapilacak ¢ikarimlarin gegerligi
acisindan onemlidir. BOBUT un kullanimi yayginlagmakla birlikte, bu uygulamalarda
MPS olmasi, yetenek kestirimlerinin dogrulugunu ve test puanlarindan yapilan
cikarimlarin gegerligini olumsuz yonde etkiler. Bu sebeple BOBUT uygulamalarinda, bu
durumu etkileyen kosullarin belirlenmesi, madde ve yetenek parametrelerinin en az hatali
sekilde kestirilmesi ac¢isindan 6nemlidir.

Madde parametre sapmast iceren maddeler, farkli test uygulamalarma katilan
gruplar arasinda farkli performans gosterebilir. Bu durum, BOBUT uygulamalar1 i¢in
onemli bir problemdir; ¢linkii MTK nin temel varsayimi olan “ayn1 yetenek diizeyindeki
bireylerin, bir maddeyi dogru cevaplama olasiliklar1 da aynidir” seklinde ifade edilen
degismezlik varsayimmin ihlaline neden olmaktadir (Babcock ve Albano, 2012). Bu
durum o6zellikle puanlara iligkin 6lgme kesinligini ve puanlarin yorumlanmasinda

gecerligi olumsuz yonde etkilemektedir (Risk, 2015). Bu nedenle, 6zellikle BOBUT
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uygulamalarinda madde bankasina iligkin MPS ¢aligsmalarimin yapilmasi, yap1 gegerligine
tehdit olusturan bu durumun 6niine gegilmesi agisindan 6nemlidir (Wainer vd., 2010).

Bu calismanm, BOBUT uygulamalarinda ¢esitli kosullardaki MPS’nin, yetenek
kestirimleri iizerindeki etkisinin incelenmesi bakimindan alanyazina katki saglamasi
beklenmektedir. Bu c¢alismanin sonuglari, gelecek BOBUT uygulamalar1 i¢in madde
giiclik parametresindeki sapmalarin  yonii, miktar1 ve biyiikligliniin, yetenek
kestirimleri, TBF ve test etkililigini ne denli etkilediginin goriilmesi agisindan 6nemlidir.
Bu dogrultuda arastirmanin bulgularinin, 6lgme ve degerlendirme alaninda hizmet veren
kurum ve kuruluslara BOBUT un organizasyonu, madde bankasinin siirdiiriilebilirligi ve
giincellenmesi konusunda psikometrik bilgi saglamasi beklenmektedir.

BOBUT uygulamalarinda MPS’nin yetenek ve madde parametreleri kestirimine
etkisini gosteren c¢alisma sayisi ¢ok azdir (Aksu Diinya, 2017; Chan vd., 1999; Han ve
Guo, 2011; Risk, 2015; Wells vd., 2002). Belirtilen galismalarin genelinde 6rneklem
biiytikligli ve/veya madde bankasi biiyiikliigii sabit tutulmus olup genellikle iki zaman
noktasinda 6l¢lim alman degerler karsilastirilmistir. Bunun yaninda MPS’nin BOBUT
uygulamalarinda parametre Kkestirimlerindeki etkisi de tam olarak bilinmemektedir.
MPS’nin olmas1 6lgmenin dogrulugu ve giivenirligine bir tehdittir ve bireylerin yanlis
smiflanmasina neden olur ve bu durum da smavlarin gegerligini olumsuz etkiler (Risk,
2015). Bu c¢alisma, BOBUT uygulamalarinda, testin psikometrik Ozelliklerini

etkileyebilecek olas1t MPS kosullarinin belirlenmesi agisindan 6nemlidir.

Simirhliklar

Arastirma Rasch model kapsaminda tretilmis veriler ile smirhdir. Yalnizca bu
model ile sinirli tutulma gerekgesi; arastirma kapsaminda 6rneklem biiyiikliigli, madde
bankas1 biiytlikliigii, 6l¢ciim alinan zaman noktas1 ve madde parametre sapmasina iliskin
birgok degisken kosul ile calisilmasi ve bu nedenle de analizlerin gii¢clesmesi ve harcanan
stirenin ¢ok fazla olmasidir. Analiz siiresinin daha fazla uzamamasi i¢in de yalnizca

madde gii¢liik parametresinde sapma olan durum ile smirlandirilmistir.
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BOLUM 2

YONTEM

Bu boliimde arastirma arastirma modeli ile verilerin tiretilmesi ve analizi ile ilgili

bilgiler yer almaktadir.

Arastirma Modeli

Bu c¢aligma simiilatif (yapay) verilerle yiiriitilmiistiir. Simiilasyon caligmalari,
cesitli hipotezleri test etmek amaciyla gercek durumlara uygun olacak sekilde, bilgisayar
ortaminda veri iiretim ve analiz siireclerini icerir. Bilgisayar yogunluklu siireglerin
kullanildig1 bu caligmalar, gercek yasam durumlarinda yer alan gorece daha karmasik
stireclerin oldugu, uygulama sikintilarinin yasandigi veya duruma uygun gergek verinin
bulunmadigi durumlarda siklikla tercih edilmektedir (Burton, Altman, Royston ve
Holder, 2006; Ranganathan ve Foster, 2003).

BOBUT uygulamalarinin MTK’ya dayali olmasi, uygulama zorlugu, genis madde
bankas1 ve genis 6rneklem gerektirmesi gibi nedenlerle alanyazinda yer alan ¢alismalarin
birgogunda simiilatif verilerin kullanildig1 goriilmektedir (Barrada, Olea, Ponsoda ve
Abad 2010; Kalender, 2011; McDonald, 2002; Patton, Cheng, Yuan ve Diao, 2013;
Scullard, 2007; Wang, Kuo, Tsai ve Liao, 2012). Bu arastirma da MTK’ya dayali BOBUT
uygulamasinda belirli MPS durumlarmin kontrollii kosullar altinda incelenmesi

nedeniyle simiilatif arastirma niteligindedir.

Verilerin Uretilmesi ve Analizi

Bu arastirmanin verilerinin iretilmesi ve analizinde R programlama dili
kullanilmistir. Veriler R Studio 3.3.2°nin catlrt paketi ile iiretilmis ve analizleri
gerceklestirilmistir (Nydick, 2015). Veri iiretiminde madde ve yetenek parametreleri
genis Olgekli smavlar ve BOBUT uygulamalarinin 6zellikleri dikkate alinarak

diizenlenmistir. Veri tiretiminde ilk iiretilen veriler temel diizey yani referans olarak
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alimmig (MPS’nin olmadigi kosul) ve MPS’li veri setleri, temel diizey veri seti ile
karsilastirilmistir.

Madde parametre sapmasina iligkin kosullarin olusturulmasinda MPS biiytikligi
ve MPS yiizdesi ele alinmigtir. Bunun yaninda MPS’nin etkisinin daha iyi goriilebilmesi
icin ikiden fazla zaman noktasina ya da ikiden fazla noktada 6lglim alinmasina ihtiyag
oldugundan, veriler ii¢ zaman noktasi i¢in diizenlenmis Ve MPS’nin boylamsal etkisinin
daha dogru bir sekilde belirlenmesine ¢alisilmistir (Babcock ve Albano, 2012; Han ve
Guo, 2011; Kim ve Cohen, 1992). Simiilatif veri tiretiminde dikkate alinan sabit ve

degisen kosullara Tablo 1’de yer verilmistir;

Tablo 1

Simiilatif Veri Uretiminde Dikkate Alinan Sabit ve Degisimlenen Kosullar

Sabit Kosullar Degisimlenen Kosullar
1. Yetenek parametreleri dagilimi 1. Orneklem biiyiikliigii
2. MTK modeli ve madde parametreleri a. 1000 kisi
dagilimi b. 5000 kisi
3. MPS’nin yonii ve tiirii 2. MPS biyiikligi
4. BOBUT Kosullar1 a. 0.00 logit
e Yetenek kestirim yontemi b. 0.50 logit
e Baslama kurali c. 0.75 logit
e Madde segim ydntemi d.  1.00 logit
e Durdurma kurali 3. MPS igeren madde yiizdesi
a. %0
b. %5
c. %10
d. %20
4. Ug zaman (6l¢iim) noktas1
5. Madde bankasi biiytikliigi
a. 200 madde
b. 500 madde

c. 1000 madde

Asagida Oncelikle simiilatif veri tiretiminde dikkate aliman sabit kosullar ve

ardindan da degisimlenen kosullar ile ilgili agiklamalara, gerekgeleri ile yer verilmistir.

Simiilatif Veri Uretiminde Dikkate Ahnan Sabit Kosullar

Simiilatif veri {iretiminde dikkate alman sabit kosullar asagida kisaca

aciklanmaktadir.
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Yetenek Parametreleri Dagihmi: Veri iiretiminde yetenek parametrelerinin
dagilimi, ortalamasi sifir, standart sapmasi bir olan normal dagilimdan iretilmistir.
Normal dagilim seg¢ilmesinin nedeni, yetenek kestirim ydntemi olarak Bayes
yontemlerinden biri se¢ildigi durumda yetenek parametre dagilimlarinin, dagilimi bilinen
bir evrenden secilmesi veya normal dagilim 6zelligine sahip olmasi gerekliligindendir
(Gershon, 2005; Risk, 2015). Bu arastirma kapsamimda BOBUT ’ta yetenek kestirimi i¢in
Bayes yontemlerinden Beklenen Sonsal Dagilim (BSD) kullanildig: i¢in, yetenek
parametreleri dagilimi normal dagilima gore Tretilmistir. 1000 ve 5000 kisilik

orneklemlere iliskin yetenek dagilimlarma Sekil 1’de yer verilmistir.
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Sekil 1.a. n=1000 Sekil 1.b. n=5000

Sekil 1.a ve 1.b. n=1000 ve n= 5000 Kisilik Verilerde Yetenek Dagilimlari

MTK Modeli ve Madde Parametreleri Dagihmi: Uluslararas: alanda yapilan
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PISA (The Programme
for International Student Assessment) gibi genis Olgekli sinavlarin analizinde Rasch
O0lcme modeli kullanilmaktadir (Schulz ve Frallion, 2009). Genis Ol¢ekli smavlarin
ozellikleri dikkate alinarak yapilan MPS ile ilgili arastirmalarda analizler ¢ogunlukla
Rasch model kullanilarak yapilmistir (Babcock ve Albano, 2012; Bergstrom, Stahl ve
Netzky, 2001; Hagge vd., 2011; Jones ve Smith, 2006; Kingsbury ve Wise, 2011; McCoy,
2009; Meyers, Miller ve Way, 2009; Witt, Stahl, Bergstrom ve Muckle, 2003). Bu ¢alisma
kapsaminda hem genis 6lcekli test uygulamalarinda Rasch modelin tercih edilmesi hem

de sadece madde giiglik parametresinde MPS olan durumun yetenek kestirimlerine
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etkisinin incelenmesinden dolay1r Rasch model tercih edilmistir. Rasch (1960) modele

gore bir maddeye dogru cevap verme olasiligi su sekilde hesaplanmaktadir;

exp(On-48i)
1+exp(On-4i)

P(Xni=1|6n, di)=

Formiilde P, n. bireyin i maddesine dogru cevap verme olasiligini; di, i maddesine

iliskin madde giiclik degerini; ©n ise n. bireyin yetenek diizeyini gostermektedir.
Formiilde goriildiigli tizere Rasch model kullanildigi durumda sadece madde giigliik
parametresinde sapma olan durum incelenebilmektedir. Madde giicliikk parametresinde
sapma olmas1 ise maddenin zamanla, orijinal madde parametresine gore daha kolay ya da
daha zor olmas: anlamina gelir (Risk, 2015). Ilgili alanyazinda yapilan ¢alismalar ve
BOBUT uygulamalarinin 6zellikleri ele alindiginda (Filho, Machado ve Damaiso, 2014;
Svetina vd., 2013), 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 i¢in madde gii¢liik
parametresi dagilimi, ortalamasi sifir, standart sapmasi bir olan normal dagilimdan
dretilmistir. 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalarina iliskin, madde bankasi bilgi

fonksiyonlarma Sekil 2.a, 2.b ve 2.c’de yer verilmistir.

Bank Information Function Bank Information Function

B b
Ll [V

3 2 1 o 1 2 3

Sekil 2.a. k=200 Sekil 2.b. k=500
Bank Information Function

200

100

Expected Information

Sekil 2.c. k=1000

Sekil 2.a, 2.b ve 2.c. k=200, k=500 ve k= 1000 Maddelik Madde Bankalar1 i¢in Madde
Bankasi Bilgi Fonksiyonu Grafikleri

MPS’nin Yonii ve Tiirii: MPS’nin yonii, parametre sapmasinin hangi yonde

oldugunu gostermektedir. Sapmanin yonii kolay (negatif), zor (pozitif) veya her iki yonde
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(hem pozitif hem negatif ydnde) de olabilir. Ilgili alanyazinda yapilan arastirmalara gore

sapmanin yonii genellikle “kolay” veya “her iki yonde” olmaktadir (Babcock ve Albano,

2012; Hagge vd., 2011; Stahl ve Muckle, 2007). Madde parametreleri i¢erisinde madde

giicliik parametresinin, kolay yonde sapma gosterdigi durumla daha sik karsilagilmaktadir

(Babcock ve Albano, 2012; Hagge vd., 2011; Risk, 2015; Stahl ve Muckle, 2007). Bunun

yani sira maddelerin goriilme sikhigi ve/veya kopya gibi faktorlerle siklikla

karsilasilmakla birlikte, bu faktorlerin daha ¢ok kolay yonde sapmaya neden oldugu ve
tek yonlii sapmanin da iki yonlii sapmaya gore yetenek kestirimlerini daha olumsuz
etkiledigi belirtilmektedir (Risk, 2015; Wells vd., 2012). Bu nedenle ¢alisma kapsaminda
kolay yonde sapma olan durum ele alinmistir. MPS’nin tiirli agisindan da madde ayiricilik
parametresinin sapma gosterdigi durumlarin hem belirlenmesinin zor olmas1 hem de

MPS’nin madde giicliik parametresini madde aymriciligindan daha c¢ok etkilemesi

nedeniyle, madde giicliik parametresinde sapma olan durumlarm daha 6nemli oldugu

belirtilmektedir (Bock vd., 1988; Donoghue ve Isham, 1998; Song ve Arce-Ferrer, 2009).

Bununla birlikte arastrmada Rasch model kullanildigi i¢in yalnizca madde giiglik

parametresinde sapma olan durum ele alinmustir.

BOBUT Kosullari: Veriler iiretilerek MPS kosullarinin olusturulmasinin
ardindan, BOBUT uygulamasi calistirilmistir. BOBUT uygulamasi i¢in tercih edilen
yetenek kestirim yontemi, baglama kurali, madde se¢im yontemi ve durdurma kurali ile
ilgili agiklamalara asagida yer verilmistir;

1. Yetenek Kestirim Yontemi: BOBUT uygulamalarinda siklikla kullanilan yetenek
kestirim yontemleri En Yiiksek Olabilirlik Yontemi (EYOY), Beklenen Sonsal
Dagilim (BSD) ve En Yiiksek Sonsal Dagilim (EYSD) yontemleridir. BSD ve EYSD
yontemleri, Bayes kestirim yontemleridir. Hangi yetenek kestirim yonteminin daha
iyl sonu¢ verdigi BOBUT uygulamasmin diger kosullarma gore degismektedir
(Linden ve Glass, 2002). Bu yetenek Kkestirim yontemlerinin birbirleri ile
karsilastirildigi bazi arastirmalar mevcuttur (Kezer, 2013; Kingsbury ve Zara, 2009;
Wang vd., 2012). Arastirmalarin biiyiik bir kisminda BSD yetenek kestirim
yonteminin diger iki yonteme gore daha iyi sonuglar verdigi (Eroglu, 2013; Kezer,
2013; Keller, 2000; Kingsbury ve Zara, 2009; Wang vd., 2012), EYOY ydntemine
gore daha diisiik standart hata (Wang, 1997) ve yanlilik degeri verdigi belirtilmistir
(Eroglu, 2013). EYOY yontemi, BSD ve EYSD yontemlerine gore daha fazla madde
ile yetenek kestirimi yaptig1 icin etkili bir yontem olarak belirtilmemistir (Kezer,

2013). Ayrica EYOY yontemi, tiimii dogru ya da tiimii yanls yanit oriintiilerinde ve
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biiyiik 6rneklemlerde tutarli sonuclar vermemesi nedeniyle problem olusturmaktadir.
Bunun yaninda BSD yontemi, EYOY ve EYSD yontemleri gibi iteratif bir yontem
olmamasindan dolay1 kolay ve hizli hesaplama yapmaktadir (Embretson ve Reise,
2000). Ayrica Sulak (2013) tarafindan yapilan arasgtirmada farkli madde se¢im
yontemlerine ait standart hata degerleri, BSD yetenek kestirimi kullanildigi durumda
diistik degerler verdigi igin BSD yetenek kestirim yonteminin kullanilmasi
Onerilmistir. Bu nedenlerle bu ¢alisma kapsaminda, BOBUT uygulamasinda yetenek
kestirim yontemi olarak BSD yontemi kullanilmistir.

. Baslama Kurah: Baslama kurali, teste baslamak i¢in ilk maddenin se¢im 6l¢iitiinii
kapsar. ik maddenin se¢imi igin cesitli baslangi¢ kurallar1 vardir ve ilk maddenin
secimi, yetenek kestirim yonteminin EYOY veya Bayes yaklasimi olmasina gore
degismektedir. EYOY kullanildig1 durumda secilecek ilk madde 6 degeri 0.00’a
karsilik gelen veya ortalama giicliik derecesine sahip olan maddedir. Bayes yaklagimi
kullanildiginda ise, bireylerin gercek yetenekleri kestirilmeden 6nce uygulanan 6n
testten baslangic 6 diizeyi kestirilir. Boylece uygulanacak ilk madde, baslangic 0
diizeyinde en fazla bilgi veren madde olacaktir (Eroglu, 2013; Mills ve Stocking,
1996; Kezer, 2013; Segall, 2004). Bu dogrultuda, bu ¢alisma kapsaminda yetenek
kestirim yontemi olarak BAYES yontemlerinden BSD kullanildigi i¢in baslangic
kurali olarak bireylerin O6n testten aldiklar1 puanlara gore onsel 6 dagilimlar:
kullanilmstir.

. Madde Secim Yontemi: BOBUT uygulamalarinda kullanilan temel madde se¢im
yontemleri; Maksimum Fisher Bilgisi (MFB), Kullbak-Leibler Bilgisi, Aralik Bilgisi
Olgiitii, Olabilirlik Agirlikh Bilgi Olgiitii, a-tabakalama, Asamali Maksimum Bilgi
Orani, En Uygun b Degeridir (Sulak, 2013). Bu yontemler icerisinde en sik kullanilan
yontem MFB yontemidir (Van der Linden ve Glas,2010; Wainer, 2000; Weiss ve
Kingsbury,1984). Bu yontemlerin performanslarinin  karsilastirildigi  bazi
arastirmalarda, —a tabakalama yonteminin yiliksek ayiriciliga sahip olan maddeleri
secme sorununun oniine gegtigi ve MFB yonteminden daha iyi performans gosterdigi
(Chang ve Ying; 1999; Deng, Ansley ve Chang 2010; Sulak, 2013), Kullbak-Leibler
yonteminin de yetenek kestiriminde MFB yontemine gore daha iyi sonuglar verdigi
belirtilmektedir (Barrada vd., 2010; Chen, Ankenmann ve Chang, 2000; Eggen, 1999;
Linda 1996; Veldkamp ve van der Linden, 2006; Yao, 2013). Belirtilen ¢alismalar
incelendiginde, -a tabakalama ve Kullbak-Leibler madde se¢im yontemlerinin

performanslarinin, diger yontemlere gore daha iyi oldugu goriilmektedir. —a
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tabakalama yonteminde madde bankasindaki maddeler, madde ayiriciliklarina gore
tabakalandirildiktan sonra bireylere uygulanmakta ve yiliksek aywricilia sahip
maddeler, uygulamanin son asamasina birakilmaktadir (Chang, Qian ve Ying, 2001).
Ancak bu caliyma kapsaminda Rasch model temele alinarak analizler yapildig: i¢in
tiim maddelerin ayiricilik degerleri sabit oldugundan, -a tabakalama yontemi uygun
degildir. Bu nedenle Kullbak-Leibler madde se¢im yontemi tercih edilmistir. Y 6ntem,
en son yapilan yetenek kestirimine en yakin noktaya gore Kullbak-Leibler yontemini
kullanarak madde se¢imi yapmaktadir.

. Durdurma Kural: Durdurma kurali, BOBUT uygulamasmin sonlandirilma
Olciitiinii ifade eder. Farkli sonlandirma kurallar1 olmasina karsin en sik kullanilan iki
yontem sabit uzunluk ve degisen uzunluk kuralidir. Sabit uzunluk kuralinda, 6zellikle
testin kapsam gecerligini saglayabilmek i¢in test, onceden belirlenen madde sayisina
ulastiginda sonlandirilirken; degisen uzunluk kuralinda, bireylerin yanit oriintiilerine
gore sonlanmaktadir (Babcock ve Weiss, 2009; Risk, 2015; Segall, 2004). Standart
Hata, Minimum Bilgi ve Teta Degisimi olmak iizere farkli sonlandirma kurallar1
vardrr. Yapilan arastirmalarda degisen uzunluk sonlandirma kuralinin, sabit uzunluk
sonlandirma kuralia gore daha i1yi 6lgme kalitesi verdigi (Babcock ve Weiss, 2012;
Chang ve Ansley, 2003; Eroglu, 2013; Yi, Wang, ve Ban, 2001) ve testin ekonomik
olmasmi sagladig1 belirtilmektedir (Eroglu, 2013). Bu calisma kapsaminda ise
durdurma kurali olarak en diisiik sayida madde kurali (the minimum number of items
rule) ve standart hata yontemi uygulanmustir. Ilgili alanyazinda uygulanan en diisiik
madde sayismin 10 maddeden az olmasi durumunda daha yiiksek hata ve yanlilik
degerleri elde edildigi (Babcock ve Weiss 2012; Eroglu, 2013) ve uygulanan en
diisiik madde sayisiin az olmasi durumunda normal dagilim 6zelliginin bozuldugu
belirtilmistir (Blais ve Raiche, 2002) . Bu nedenle bu ¢alismada da en diisiik sayida
madde kurali i¢in minimum 10 madde tercih edilmistir. Standart hata sonlandirma
kuralinda ise [-3,00; +3,00] yetenek araliginda, standart hatanin 0.40’a esit veya daha
diisiik olmasmin, 6lgme kesinligi agisindan uygun oldugu belirtilmistir (Babcock ve
Weiss, 2009; Blaise ve Raiche, 2002). Dolayisiyla bu aragtirma kapsaminda standart

hatanin 0.40°tan diisiik oldugu sonlandirma kural ele alinmastur.
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Simiilatif Veri Uretiminde Degisimlenen Kosullar

Simiilatif veri iiretiminde degisimleme yapilan kosullar asagida kisaca

aciklanmaktadir.

Orneklem Biiyiikliigii: MTK’da parametre kestirimlerinin dogru bir sekilde
yapilabilmesi ve parametrelerin birbirlerinden iyi bir sekilde ayrilabilmesi i¢in genis bir
orneklem gereklidir. Genellikle 6rneklem biiyiikliigiiniin 1000 veya daha fazla oldugu
durumda, kaliteli madde parametreleri elde edilmektedir. Madde parametreleri agisindan
dogru kestirimler ve ayrimlar yapabilmek i¢in de drneklem biiyiikliigiiniin en az 1000-
2000 civarinda olmasi gerekmektedir (Rudner ve Guo, 2011; Stahl ve Muckle, 2007).
Bunun yani sira Sahin (2012) tarafindan g¢esitli 6rneklem biiyiikliigii ve test uzunlugunun
MTK modelleri agisindan (1PLM, 2PLM, 3PLM) karsilastirildig1 calismada, 6rneklem
biiytikliginiin 5000 oldugu durumda en diisiik standart hata degerinin elde edildigi
belirtilmistir. Ayrica 6rneklem biiyiikliigl arttikca, 6lgme ve siniflama dogrulugunun da
arttigini belirten ¢alismalar mevcuttur (Rudner ve Guo, 2011). Bu baglamda bu calisma
kapsaminda oOrneklem biiyiikligliniin 1000 oldugu durum kii¢iik 6rneklem ve 5000
oldugu durum da biiyiik 6rneklem olarak ele alinmistir.

MPS Biiyiikliigii: MPS biiyiikliigii, yetenek kestirimini etkileyen Onemli
faktorlerden biridir (Risk, 2015). MPS biyiikligii testin tek boyutlulugunu olumsuz
etkilemekte ve degismezligin bozulmasina neden olmaktadwr (Li, 2008). MPS’nin
calisildig1 tiim durumlar igerisinde, 6lgme kesinligini en ¢ok etkileyen durumun MPS’nin
biiyiikliigii oldugu belirtilmistir. Ozellikle 0.50 logit ve iizerinde MPS olan maddelerin
parametre kestirimlerine etkisinin daha 6nemli oldugu belirtilmektedir (Donoghue ve
Isham, 1998; Han ve Wells, 2007; Wollack vd., 2005). 0.50 logit’in altinda MPS olan
maddeler kolay belirlenemedigi ve pratikte 6nemli olmadig: igin kullanilmaya devam
edildiginden (Han ve Guo, 2011), bu arastirma kapsaminda her maddenin madde giicliik
parametresinde 0.00, 0.50, 0.75 ve 1.00 logit biyiikliiginde MPS olusturularak, bu
durumun etkisi incelenmistir. Bunun yani sira MPS gosteren maddelerin kolay yonde
sapma gostermesi durumu ele alindigindan, MPS biiyiikliikleri temel diizey veri setindeki
madde giicliiklerinden, 0.00, 0.50, 0.75 ve 1.00 logit birimlerinde degerler ¢ikartilarak
olusturulmustur.

MPS iceren Madde Yiizdesi: Madde bankasinda MPS igceren madde yiizdesi,
yetenek kestirimlerini etkileyen bir diger kosuldur. Ozellikle MPS igeren maddelerin
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yiizdesi arttikga, yetenek kestirimleri olumsuz etkilenmektedir (Hagge vd., 2011; Huang
ve Shyu, 2003; Wells vd., 2002). ilgili alanyazinda gerek gercek, gerek simiilatif ortamda
yapilan ¢alismalar incelendiginde, MPS i¢ceren madde yilizdesinin genelde mimimum %S5,
maksimum %20-%25 oraninda oldugu goriilmektedir (Hagge vd., 2011; Stahl vd., 2002;
Song ve ArceFerrer, 2009; Wells vd., 2002). Bu dogrultuda bu ¢alisma kapsaminda MPS
iceren madde yiizdesi %0, %5, %10 ve %20 olarak ele alinmistir.

Uc¢ Zaman (Olgiim) Noktasi: MPS’nin etkilerinin ortaya ¢ikmas igin uzun bir
stire¢ gerekmektedir ve MPS’nin etkilerini iy1 bir sekilde gorebilmek i¢in ikiden fazla
zaman noktasi veya olglime ihtiyag oldugu belirtilmektedir (Babcock ve Albano, 2012;
Chan vd., 1999; Deng ve Melican, 2009; Kim ve Cohen, 1992). Bu nedenle bu ¢alisma
kapsaminda ii¢ zaman noktasinda Ol¢iimler alinmistir. Hem MPS’nin olmadigi 0.00
logit’lik veri setleri hem de MPS’li veri setleri i¢in MPS’nin etkisinin kademeli olarak
arttirildiga i¢ adet veri seti birinci, ikinci ve tiglincii zaman noktasi olarak ele alinmastir.
MPS’nin etkisinin kademeli olarak nasil arttirildigina iliskin bilgi, madde bankasi
biiylikliigii bashigr altinda a¢iklanmuistir.

Madde Bankasi1 Biiyiikliigii: MTK’ya dayali BOBUT uygulamalarinda,
kullanim amacma gore her yetenek diizeyine hitap eden kaliteli maddelerin oldugu genis
bir madde bankas1 gereklidir (Flaugher, 2000). Alanyazinda BOBUT ortaminda madde
bankasi biiyiikliigi ile ilgili yapilmis olan bazi ¢alismalar dogrultusunda (Han ve Guo,
2011; Risk, 2015; Veldkamp ve Linden, 2006; Wise ve Kingsbury, 2000), bu arastirmada
kullanilacak madde bankas1 biiyiikliikleri sirasiyla 200 kiiclik, 500 orta, 1000 biiytik
madde bankasi olacak sekilde belirlenmistir. Madde bankas1 biiyiikliigii olarak bunlarin
secilme nedeni su sekilde belirtilebilir;

Madde bankasindaki madde sayis1 200: BOBUT uygulamalari i¢in minimum
madde bankas1 biiyiikligiinin 100 oldugu durumda, kagit-kalem testiyle benzer
dogrulukta yetenek kestirimi yapilabilecegi belirtilse de (Urry, 1977) MPS nin BOBUT
ortaminda c¢alisildig1 arastirmalarda da genellikle minimum 200 veya 300 maddelik
madde bankasi ile ¢alisildigi duruma rastlanmistir (Risk, 2015; Lunz, Stahl ve Bergstrom,
1993). Ciinkii minimum 200 veya 300 maddelik banka ile ¢aligildigi durumda maddelerin
goriilme sikliginm diisiik diizeyde oldugu belirtilmektedir (Lunz vd., 1993). Bu durum
dikkate alinarak minimum madde bankas1 biiyiikliigii 200 olarak ele alinmistur.

Madde bankasindaki madde sayist 500: flgili alanyazindaki ¢aligmalar
incelendiginde, 500 maddeden olusan madde bankasi biiyiikligii, BOBUT uygulamalari

icin genelde orta biiylikliikte olarak ele alinmis ve birgok sertifika programi i¢in ideal
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madde bankas1 biiyiikligi olarak belirtilmistir (Risk, 2015). Bu dogrultuda madde
bankasi biiylikliigliniin 500 oldugu durum, orta biiyiikliikkte madde bankasi biiyiikligii
olarak belirlenmistir.

Madde bankasindaki madde sayis1 1000: Son yillarda gergeklestirilen BOBUT
uygulamalarinda kullanilan madde bankas1 biiytikliigii 1000 madde ve lizeridir. Madde
bankasinin biiylik olmasi, maddelerin siirekli olarak bireyler tarafindan goriilmesinin ve
madde asinaliginin oniine gegebilir (Wise ve Kingsbury, 2000). Madde bankasi niteligi
ve test uzunlugu arttikga, test giivenirligi, 6lgme ve siniflandirma hassasiyeti artig
gostermektedir (Jodoin, 2003). Bu nedenle madde bankasi biiyiikligiiniin 1000 oldugu
durum, biiyiik madde bankas1 olarak belirlenmistir.

200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalarinin MPS miktari, MPS yiizdesi ve ii¢
zaman noktasma gore diizenlenmis hallerine iliskin —b parametre degerlerine Tablo 2, 3

ve 4’te yer verilmistir.

Tablo 2

Madde Bankasiin k= 200 Oldugu MPS’li Veri Setlerinde Madde Bankalarinin
Ortalama Madde Giigliik Degerleri

MPS MPS 1.zaman 2.zaman 3.zaman OrtaLama
Biiyiikliigii Yiizdesi noktasi noktasi noktasi d 3 .
egerleri
0.00 logit %0 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
%0 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.50 logit %5 -0.05 -0.08 -0.11 -0.08
' %10 -0.08 -0.13 -0.18 -0.13
%20 -0.13 -0.23 -0.33 -0.23
%0 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.75 logit %5 -0.06 -0.10 -0.14 -0.10
' %10 -0.10 -0.18 -0.26 -0.18
%20 -0.18 -0.33 -0.48 -0.33
%0 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
1.00 logit %5 -0.08 -0.13 -0.18 -0.13
' %10 -0.13 -0.23 -0.33 -0.23
%20 -0.23 -0.43 -0.63 -0.43

Tablo 2 incelendiginde 200 maddelik madde bankasinin temel diizey veri setine
iliskin madde giigliik ortalamas1 -0.03’tiir. Olusturulan MPS’1i veri setlerinde, {ic zaman
noktasi i¢in madde giicliik parametrelerinin ortalamasi ise -0.08 ile -0.43 arasindadir.
MPS’li madde yiizdesi ve MPS biiyiikligli arttikga, madde bankasma iliskin madde

giicliik degerlerinin ortalamasinin kolay yonde degistigi goriilmektedir.
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Tablo 3

Madde Bankasinin k= 500 Oldugu MPS’li Veri Setlerinde Madde Bankalarinin
Ortalama Madde Giigliik Degerleri

MPS MPS 1.zaman 2.zaman 3.zaman OrtaLama
Biiylikligi Yiizdesi noktasi noktasi noktasi 4 o
egerleri
0.00 logit %0 0.02 0.02 0.02 0.02
%0 0.02 0.02 0.02 0.02
0.50 logit %5 0.00 -0.02 -0.05 -0.02
' %10 -0.02 -0.07 -0.12 -0.07
%20 -0.07 -0.17 -0.27 -0.17
%0 0.02 0.02 0.02 0.02
0.75 logit %5 -0.01 -0.05 -0.08 -0.05
' %10 -0.05 -0.12 -0.20 -0.12
%20 -0.12 -0.27 -0.42 -0.27
%0 0.02 0.02 0.02 0.02
1.00 logit %5 -0.02 -0.07 -0.12 -0.07
' %10 -0.07 -0.17 -0.27 -0.17
%20 -0.17 -0.37 -0.57 -0.37

Tablo 3 incelendiginde 500 maddelik madde bankasinin temel diizey veri setine
iligkin madde giicliik ortalamasi 0.02’dir. Olusturulan MPS’1i veri setlerinde, {ic zaman
noktasi i¢in madde giicliik parametrelerinin ortalamasi ise -0.02 ile -0.37 arasindadir.
MPS’li madde yiizdesi ve MPS biiyiikliigii arttikca, madde bankasina iliskin madde

giicliik degerlerinin ortalamasinin kolay yonde degistigi goriilmektedir.

Tablo 4

Madde Bankasinin k= 1000 Oldugu MPS’li Veri Setlerinde Madde Bankalarinin
Ortalama Madde Giigliik Degerleri

MPS MPS 1.zaman 2.zaman 3.zaman OrtaLama
Biiyiikliigi Yiizdesi noktast noktast noktast o
degerleri
0.00 logit %0 0.05 0.05 0.05 0.05
%0 0.05 0.05 0.05 0.05
0.50 logit %5 0.03 0.00 -0.02 0.00
' %10 0.00 -0.04 -0.09 -0.04
%20 -0.04 -0.14 -0.24 -0.14
%0 0.05 0.05 0.05 0.05
0.75 logit %5 0.02 -0.02 -0.05 -0.02
' %10 -0.02 -0.09 -0.16 -0.09
%20 -0.09 -0.24 -0.39 -0.24
%0 0.05 0.05 0.05 0.05
1.00 logit %5 0.00 -0.04 -0.09 -0.04
' %10 -0.04 -0.14 -0.24 -0.14
%20 -0.14 -0.34 -0.54 -0.34
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Tablo 4 incelendiginde 1000 maddelik madde bankasinin temel diizey veri setine
iliskin madde giicliik ortalamasi 0.05°tir. Olusturulan MPS’1i veri setlerinde, {i¢ zaman
noktasi i¢in madde giicliikk parametrelerinin ortalamasi ise 0.00 ile -0.34 arasmndadir.
MPS’li madde yiizdesi ve MPS biiyilikliigii arttik¢a, madde bankasina iligkin madde
giiclik degerlerinin ortalamasinin kolay yonde degistigi goriilmektedir. Simiilatif veri
iretiminde toplamda 2 (6rneklem biiyiikliigii) x 3 (madde bankasi biiyiikliigii) x 4 (MPS
biyiikliigii) x 4 (MPS i¢eren madde yiizdesi) x 3 (zaman noktasi) olmak iizere 288 durum
ele alinmigtir. Her bir kosul i¢in toplam 100 replikasyon yapilmis ve 28800 analiz
gergeklestirilmistir.

Belirtilen kosullarin yetenek kestirimleri tizerindeki etkisini incelemek i¢in 6lgme
kesinligi, test bilgi fonksiyonu (TBF) ve test etkililigi degerleri hesaplanmustir.

Hesaplamalar i¢in gerekli formiillere Tablo 5’te yer verilmistir.

Tablo 5

Madde Parametre Sapmasint Degerlendirme Kriterleri

Olgiit Agiklama Formiil
R - . n = _ .
. Yanlilik Qergek yetenegin, kestirilen yetenekten Yi=1(B1 — 6i)
35D sistematik olarak sapmasidir. n
% n (0 —0i2
2 OHKK Ortalama hatalarin karekokiidiir. \/ ZJ' =1(01— 6D
] n
E» Maksimum ortalama farktir. Gergek ve yn |é7 _ Gi|
O MOF kestirilen yetenek arasindaki ortalama co=tl
yanlilig1 verir. n
Test bilgi fonksiyonudur. Bireylerin
'S 2 ilgili testten aldiklar1 maddelerin bilgi
2 s . < - 1
m ;; TBE fonksiyonu toplamina esittir. Bu deger Som ( 9) _
Q = yetenek kestirimlerine iliskin standart / 1(6)
=2 hata degerlerinden yola ¢ikarak
hesaplanmaktadir.
Test Her bireye uygulanan ortalama madde rKi
uzunlugu sayisi n
= Maddelerin Bir maddenin bireylere toplam
= ortalama i Y. my * 100
= uygulanma uygulanm_a_orammn, l-:n-rey sayisina = = @
o boliinmesi ile elde edilir. n
z orant
N . 7 -
a X2 Ki-kare. Gozlenen ve beklenen madde Z (Koj — Koj)?
kullanim siklig1 arasindaki farktir. Ko Ji
J=1

0i: Bireylerin yetenek diizeyi, O1: Bireylerin kestirilen yetenek diizeyi, n: Toplam birey sayisi,
1(©): Madde bilgi fonksiyonu, Kij: i. bireye uygulanan toplam madde sayisi, mg: K maddesinin
tiim bireylere uygulanma sayis1, Koj: j maddesinin uygulanma sayisi/Kisi sayisi, Koj: Test
uzunlugu/Madde bankas1 biiyiikliigii
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Tablo 5’te 6lgme kesinligi, TBF ve test etkililigini degerlendirmede kullanilan
formiiller yer almaktadir. Olgme kesinligi icin yanlilik, ortalama hatalarm karekokii
(OHKK, Root Mean Square Error) ve mutlak ortalama fark (MOF, Absolute Average
Difference) degerleri hesaplanmistir. Ciinkii bu istatistikler, dlgme kesinligine iliskin
dogru bilgiler vermesinden kaynakli olarak simiilasyon ¢alismalarinda siklikla kullanilan
istatistiklerdir (Guyer ve Thompson, 2011; Lee ve Dodd, 2012; Risk, 2015; Wang ve
Chen, 2005). Olgme kesinligine iliskin bu faktdrler bireylerin gercek yetenekleri,
kestirilen yetenekleri ve drneklem biiyiikliigii dikkate alinarak hesaplanmaktadir. Olgme
kesinligine iliskin degerler 100 replikasyon ic¢in hesaplandiktan sonra, elde edilen
degerler arasinda istatistiksel olarak manidar fark olup olmadigini incelemek amaciyla
bagimsiz orneklemler i¢cin {i¢ faktorli ANOVA analizi yapilmistir. Analizde MPS
biyiikligii (0.00 logit, 0.50 logit, 0.75 logit, 1.00 logit), MPS yiizdesi (%0, %5, %10,
%20) ve MPS’li madde bankasi ile yapilan dl¢iimler (3 6l¢lim) bagimsiz degiskenler;
yanlilik, OHKK ve MOF degerleri de ayr1 ayr1 bagimli degiskenler olarak ele alinmistir.
ANOVA analizi ile birlikte eta kare (n?) etki degeri de raporlastirilmistir. Etki degerini
yorumlamada .01 kiigtik, .09 orta, .25 genis etki kabul edilmistir (Cohen, 1988, 5.413).

Test bilgi fonksiyonu testin verdigi bilgi miktarin1 gostermektedir. Bireylerin
BOBUT uygulamas1 sonunda elde ettikleri yetenek kestirimlerinin giivenirligi ile bu
kestirime iliskin 6lgmenin standart hatasi arasinda ters bir iligki vardir. Test bilgi
fonksiyonu da bu iliskiden yola ¢ikarak hesaplanmaktadir (van der Linden, 1998). Test
bilgi fonksiyonu, her bireyin yetenek kestirimlerine iliskin 6lgmenin standart hatasi
degeri elde edilerek hesaplanmistir. Bu deger her bir kosula iliskin 100 replikasyon igin
hesaplanmis ve elde edilen degerler arasinda istatistiksel olarak manidar fark olup
olmadigini incelemek amaciyla bagimsiz drneklemler i¢in faktoriyel ANOVA analizi
yapilmistir. Analizde MPS biiytikligii (0.00 logit, 0.50 logit, 0.75 logit, 1.00 logit), MPS
yiizdesi (%0, %5, %10, %20) ve MPS’li madde bankasi ile yapilan dlgiimler (3 dl¢iim)
bagimsiz degiskenler; TBF de bagimli degisken olarak ele alinmistir. ANOV A analizi ile
birlikte eta kare (n?) etki degeri de raporlastirilmistir. Etki degerini yorumlamada .01
kiiciik, .09 orta, .25 genis etki kabul edilmistir (Cohen, 1988, 5.413).

Test etkililigi i¢in de test uzunlugu, maddelerin ortalama uygulanma orani
(Average item exposure rate) ve X? degerleri hesaplanmistir. Bu degerler de BOBUT
uygulamalarinda, test etkililigini degerlendirmede dogru bilgiler vermesinden kaynakli
siklikla kullanilan istatistiklerdir (Lee ve Dodd, 2012; Moyer, Galindo ve Dodd, 2012).

Test uzunlugunu hesaplamada her bireyin aldig1 ortalama madde sayis1 dikkate alinmistur.
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Maddelerin ortalama uygulanma orani ise bir maddenin bireylere toplam uygulanma
sayismnin, toplam birey sayisina orani ile hesaplanmustir. X? istatistigi de gozlenen ve
beklenen madde kullanim sikligimi gdstermektedir. Hesaplanmasinda bir maddenin
uygulanma sayisi, orneklem biiyiikligii, test uzunlugu ve madde bankasi biylkligi
faktorleri etkilidir ve madde bankasinin kullaniminmn etkililigine iliskin bilgi verir.
Olusturulan MPS kosullar1 igerisinde diisiik X? degerine sahip olan kosul, madde
bankasindaki maddelerin bircogunu esit diizeyde kullanan kosul anlamina gelmektedir
(Chang ve Ying, 1999). Belirtilen test etkililigi degerleri, her bir kosulda 100 replikasyon
icin hesaplanarak ortalamasi almmustur.

Olusturulan tiim kosullar icerisinde MPS’nin etkisini hesaplamada, ilk olusturulan
veri seti temel diizey veri seti olarak ele alinmistir. Bu veri seti tizerinden MPS kosullar1
olusturulduktan sonra MPS’li veri setleri ile temel diizey veri seti karsilastirilarak

yorumlar yapilmistir.
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BOLUM 3

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu boliimde, arastrma kapsaminda yapilan analizler sonucunda elde edilen
bulgulara ve yorumlara yer verilmistir. Bu boliimde 6ncelikle 1000 kisilik veriden elde
edilen bulgu ve yorumlar, ardindan 5000 kisilik veriden elde edilen bulgu ve yorumlara

yer verilmistir.

Orneklem Biiyiikliigiiniin 1000 Oldugu Durumda Kosullarin Karsilastirilmasina
Iliskin Bulgular

1000 kisilik 6rneklem biiyiikligi ve 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalari
icin bulgulara asagida yer verilmistir.

Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarinin karsilastirildigr 6lgme
kesinligine iligskin birinci 6lgiit (bagimli degisken), yeterlik kestirimlerine ait yanlilik
degerleridir. Yanllik degerlerine iliskin bulgular sekil 3.a, 3.b ve 3.c’de yer almaktadir.
Bulgularin ic madde bankasi i¢in de paralellik gostermesinden dolayi, ii¢ sekile iliskin

yorumlar sekillerin ardindan toplu olarak sunulmustur.
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Sekil 3.b. Orneklem n=1000 oldugunda 500 Maddelik Banka i¢in Yanlilik Degerleri
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Sekil 3.c. Orneklem n=1000 oldugunda 1000 Maddelik Banka i¢in Yanlilik Degerleri

Sekil 3.a, 3.b ve 3.c. Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar1
icin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkli Zaman

Noktasima gére Yanlilik Degerlerinin Karsilastirilmasma Iliskin Grafikler

Yanliliga iligkin degerler incelendiginde; 1000 kisilik 6rneklemde 200, 500 ve
1000 maddelik madde bankalar1 i¢in MPS miktar1 biiyiidiik¢e (0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve
MPS yiizdesi arttik¢a (%0, %5, %10, %20), ti¢ farkli zaman noktasinda elde edilen

yetenek kestirimlerine ait yanlilik degerlerinin negatif yonde artma egiliminde oldugu
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goriilmektedir. Yanlilik degerlerine iliskin en diisiik deger, MPS olmadig1 i¢in temel
diizey veri setinde elde edilmistir. Bir diger ifadeyle MPS miktari, MPS yiizdesi ve
MPS’li madde bankasi ile yapilan 6lgiim sayist arttikca daha yanli yetenek kestirimleri
elde edilmekte, dolayisiyla 6lgme kesinligi de diismektedir. Bu egilim madde bankas1
biiylikligii artsa da degiskenlik gostermemistir. Bir diger ifadeyle, BOBUT uygulamali
testlerde MPS’nin miktar1 ve bankadaki MPS’li madde yiizdesi arttig1 siirece, madde
bankasimin biiyiimesi, yeterlik kestirimlerinin yanl olmasini engellememektedir.

Elde edilen negatif yanlilik degerlerinin anlami; bireylerin kestirilen yetenek
degerlerinin, gercek yetenek degerlerinden diisiik olmasidir. Madde bankasindaki bir
kistm maddenin kolay yonde MPS gdstermesinden dolayi, bireylerin kestirilen yetenek
degerlerinin, gercek yeteneklerinden yiiksek olmasi bir bagka deyisle yanlilik degerlerinin
pozitif yonde artmis olmasi beklenirdi. Beklenenin tersi bir sonu¢ elde edilmesinin bir
nedeni, sadece tek yonde gerceklesen (kolay yonde) MPS durumunun ele alinmis
olmasindan kaynakli olabilir. Ciinkii MPS her iki yonde de gerceklesiyor olsaydi yanliliga
iligkin kestirimler sifira yakin ¢ikardi (Aksu Diinya, 2017; Wei, 2013). Bu durumun diger
bir nedeni de bireylerin yetenek diizeyindeki maddelerle karsilasmalarina ragmen bunlari
yanlis yanitlamalari olabilir. Benzer bulguya ilgili alanyazinda yapilan bazi ¢alismalarda
da rastlanmaktadir (Chen, 2013; Risk, 2015; Rupp ve Zumbo, 2003b). Chen (2013),
MPS’nin yetenek kestirimlerine etkisini inceledigi caligmasinda madde giigliik
parametresinin 0.40 logit biiyilikliigiinde kolay yonde degistigi durumda, yetenek
kestirimlerinin, dolayisiyla da yetenek kestirimlerine iliskin yanlihigin diisiik diizeyde de
olsa negatif yonde degistigini belirtmistir. Bu durum; ayni test formunun birden ¢ok kez
kullanilmas1 sonucu 6grenciler bazi1 maddelere asina olmakta ve bu asinalik, maddeleri
kolaylastrmakta ve MPS riskini arttirmaktadir seklinde yorumlanabilir. Bu durum
yetenek kestirimlerini de olumsuz etkilemekte ve daha yanli sonuglar elde edilmesine
neden olmaktadir (Jiang, Drasgow ve Tay, 2009). Ancak Guo ve Wang (2003) tarafindan
BOBUT kapsaminda yapilan 6lcek kaymasmin test puanlarma etkisinin incelendigi
caligmada, MPS’li madde bankasi oldugu durumda yetenek kestirimlerine iliskin yanlilik
degerlerinin ¢ok fazla etkilenmedigi belirtilmistir. Bu durumun nedeni, belirtilen
caligmada iki zaman noktasinda 6l¢tim almmustir. Ancak, Babcock ve Albano (2012)
yeterliklere iliskin iki 6l¢iim almanin MPS hakkinda net ¢ikarimlar yapabilmek icin
yeterli olmadigini belirtmistir. Bir bagka ifade ile MPS’nin etkilerinin ortaya

c¢ikarilabilmesi i¢in en az {i¢ noktada 6l¢iim almak gerekmektedir.
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Yukarida verilen yanlilik degerleri agisindan elde edilen farklarin istatistiksel

olarak manidar olup olmadigini incelemek i¢in bagimsiz drneklemler i¢in uygulanan iig

faktorli ANOVA sonuglart Tablo 6°da verilmistir. Tabloda yer alan MPS biiytikligi,

madde bankasinda MPS’ye sahip maddelerin sapma miktarini (0.00 logit, 0.50 logit, 0.75
logit, 1.00 logit), MPS yiizdesi madde bankasindaki MPS’li madde yiizdesini (%0, %5,

%10, %20) ve ol¢iim faktorii de MPS’li maddelere sahip madde bankasi ile yapilan 6l¢iim

sayisini temsil etmektedir (3 6lglim).

Tablo 6

Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gore Yanhlik

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde 9 Kareler Kareler . E..tki..,..
g?nlfasi N Varyansin Kaynagi Toplam: sd Ortalamasi F Buyul;lugu
tytikligi ()
MPS Biiyiiklugii 0.515 3 0.172 5366.84* 0.15
MPS Yiizdesi 2.031 3 0.677 21165.16* 0.58
Olgiim 0.235 2 0.118 2448.95* 0.06
MPS
Biiyikligi*MPS 0.113 9 0.013 1177.58* 0.03
Yiizdesi
MPS *
200 Biyiikliigii*Olgiim 0.016 6 0.003 166.74 0.01
MPS Yiizdesi*Olgiim 0.071 6 0.012 739.89* 0.02
MPS
Biiyikligi*MPS 0.011 18 0.001 114.63* 0.01
Yiizdesi*Ol¢iim
Hata 0.456 4752 0.000
Toplam 3.448 4799
MPS Biiyiikligii 0.196 3 0.065 2352.00* 0.03
MPS Yiizdesi 4.414 3 1.471 52968.00* 0.73
Olgiim 0.493 2 0.247 5916.00* 0.08
MPS
Biiyiklugi*MPS 0.070 9 0.008 840.00* 0.01
Yiizdesi
MPS "
500 Biiyiikliigii*Olgiim 0.022 6 0.004 264.00 0.01
MPS Yiizdesi*Olgiim 0.333 6 0.056 3996.00* 0.05
MPS
Biiyiiklugi*MPS 0.060 18 0.003 720.00* 0.01
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.396 4752 0.000
Toplam 5.984 4799
MPS Biiyiiklugii 0.271 3 0.090 2893.91* 0.05
1000 MPS Yiizdesi 4.232 3 1.411 45192.05* 0.78
Olgiim 0.248 2 0.124 2648.31* 0.04
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Tablo 6 (Devam)

Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalari icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gore Yanlilik

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde . Kareler Kareler . E..tki..,..
g?nlfasl . Varyansin Kaynagi Toplami1 sd Ortalamast F Buyul;lugu
tyikligi ()
MPS
Biiyiikligii*MPS 0.047 9 0.005 501.90* 0.01
Yiizdesi
MPS *
Biiytikliigi*Olgiim 0.024 6 0.004 256.29 0.01
1000 MPS Yiizdesi*Olgiim 0.058 6 0.010 619.36* 0.01
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.075 18 0.004 800.90* 0.01
Yiizdesi*Olciim
Hata 0.445 4752 0.000
Toplam 5.400 4799
*p<.05

Yanliliga iliskin olarak bagimsiz 6rneklemler i¢in ii¢ faktorlii ANOVA sonuglar1
genel olarak incelendiginde 1000 kisilik 6rneklemde 200, 500 ve 1000 maddelik madde
bankalar1 icin MPS biiytikliigli, MPS yiizdesi, MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim
sayisinin hem temel etki, hem ikili etkilesim hem de iiglii etkilesim etkilerinin yanlilik
tizerinde istatistiksel olarak manidar etkisi oldugu goriilmistiir. Bunlar genel olarak
diistik etki biiytikliiklerine sahiptir (Cohen, 1988, s. 413). Yapilan Post-Hoc test sonuglar1
da tiim faktorlerin tiim diizeyleri agisindan fark oldugunu ortaya koymustur. Yeterlik
kestirimlerinin yanlilig: iizerinde en fazla etkisi olan faktor; MPS yiizdesidir. Bir bagka
ifade ile MPS’ye iliskin belirtilen faktorler yanliligi ve dolayisiyla 6lgme kesinligini
olumsuz yonde etkilemektedir. Bu dogrultuda BOBUT uygulamalarinda MPS’li madde
bankasinin uzun siire kullanimmdan kaynakli, bazi maddelerin kolay yonde MPS
gosterdigi durumda yetenek kestirimleri dnemli diizeyde etkilenmekte ve daha yanli
sonuclar elde edilmektedir. Benzer bulguya Rasch modeli kullanmis olan Aksu Diinya
(2017), Babcock ve Albano (2012) ve 3PLM’yi kullanmis olan Abad ve digerlerinin
(2010) galismalarinda da rastlanmaktadir.

Babcock ve Albano (2012) yaptiklar1 caligmada istatistiksel olarak manidar farkin
yaninda, yanlilik {izerinde en fazla etkisi olan faktoriin MPS’nin yonii (madde
giicliigiiniin artmas1 daha etkin) ve MPS yiizdesi* MPS yoniiniin ortak etkisi oldugunu

belirtmiglerdir. Bu ¢alisma kapsamimda MPS’nin sadece kolay yonde degistigi durum ele

37



alindig1 i¢in, MPS’nin yonii faktoriiniin etkisi incelenmemis ancak en etkin faktoriin MPS
yiizdesi oldugu bulgusuna ulasilmistir. Chen (2013) ise MPS gosteren madde sayisinin
yanlilik {izerindeki etkisinin ¢ok diisiikk diizeyde oldugunu belirtmistir. Guo ve Wang
(2010) ise BOBUT ortaminda yanlilik degerlerini karsilastirdiklar: g¢aligsmalarinda
yanlilik agisindan anlamli fark elde edilmedigini belirtmiglerdir. Bu durumun nedeni
olarak da iki zaman noktasi gibi az sayida Ol¢iim alinmasini belirtmiglerdir. Ciinkii
MPS’nin etkisinin net bir sekilde goriilebilmesi i¢in ikiden fazla zaman noktasina ihtiyag
vardir (Chan vd., 1999; Deng ve Melican, 2009).

Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarmin karsilastirildigi 6lgme
kesinligine iligkin ikinci Olciit (bagimli degisken), yeterlik kestirimlerine ait OHKK
degerleridir. OHKK degerlerine iligkin bulgular sekil 4.a, 4.b ve 4.c’de yer almaktadir.
Bulgularin ti¢ madde bankasi i¢in de paralellik géstermesinden dolayi, ti¢ sekile iliskin

yorumlar sekillerin ardindan toplu olarak sunulmustur.
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Sekil 4.c. Orneklem n=1000 oldugunda 1000 Maddelik Banka i¢in OHKK Degerleri

Sekil 4.a, 4.b ve 4.c. Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkh Biiyiikliikteki Madde Bankalar1
icin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug¢ Farkli Zaman
Noktasma gére OHKK Degerlerinin Karsilastirilmasma Iliskin Grafikler

Ortalama Hatalarin Karekokii'ne iliskin degerler incelendiginde; 1000 kisilik
yanitlayici 6rnekleminde 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 igin MPS miktari
biiyiidiikge (0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve MPS yiizdesi arttik¢a (%0, %5, %10, %20), ii¢

farkli zaman noktasinda elde edilen yetenek kestirimlerine ait OHKK degerlerinin artma
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egiliminde oldugu goriilmektedir. Buna gore, MPS miktari, MPS yiizdesi ve MPS’li
madde bankasi ile yapilan 0lglim sayisi arttikca daha hatali yetenek kestirimleri elde
edilmekte, dolayisiyla 6lgme kesinligi diismektedir. OHKK agisindan en yiiksek degerler
MPS biiyiikliginiin 1.00, MPS yiizdesinin %20 oldugu ve {¢iincii 6l¢iimiin alindig1
noktada elde edilmistir. OHKK degerleri, ger¢ek ve Kkestirilen yetenek degerleri
arasindaki farki (hatayi) gostermektedir. OHKK degeri sifira ne kadar yakinsa, bu durum
BOBUT uygulamasi sonunda elde edilen yeterlik kestirimi, gercek yeterlik degerine o
kadar yakin kestirim yapmis anlamina gelmektedir. Bu egilim madde bankasi biiyiikliigii
artsa da degiskenlik gostermemektedir. Benzer bulguya alanyazinda yapilan bazi
caligmalarda da rastlanmaktadir (Aksu Diinya, 2017; Babcock ve Albano, 2012; Chen,
2013; Risk, 2015; Wells vd., 2002). Wells ve digerleri (2012), yaptiklar1 ¢alismada
orneklem biiytlikligl arttikca OHKK degerlerinin azaldig1 ve dolayisiyla daha az hatal
kestirimler elde edildigini ancak ayni1 Orneklem biyiikliigii icerisinde, MPS miktar1
arttikca daha yiiksek OHKK degerleri elde edildigini ve 6lgme kesinliginin azaldigini
belirtmiglerdir. Aksu Diinya (2017) da en diisitk OHKK degerinin temel diizey veri seti
icin elde edildigini belirtirken, 6zellikle MPS’li madde ylizdesi arttikca yeteneklere
iligkin daha hatali kestirimler yapildigini1 belirtmislerdir. OHKK degerlerine iliskin en
diistik degerler ise MPS olmadig igin temel diizey veri setinde elde edilmistir. Ancak,
temel diizey veri setleri icin madde bankasi biiyiikligii artttkga OHKK degerleri
azalmistir. Bir bagka deyisle madde bankasi biiyilidiik¢e temel diizey veri setinde, yetenek
kestirimlerine iliskin daha az hatali sonuclar elde edilmistir.

Ortalama Hatalarin Karekokii degerleri diisiik diizeyde artis gostermis olsa da,
zamanla bu hatalarin birikmesi sonucu Ol¢ek kaymasi gozlenebilir. Bu durum da
puanlarin yorumlanmasina iliskin gecerligi olumsuz yonde etkileyen bir faktordiir (Guo
ve Wang, 2003). Ozellikle, test maddelerinin gorece kolay oldugu test durumlarinda, zor
yonde MPS gozlemlenmesi, yetenek kestirimlerine ilisgkin OHKK degerlerini daha
olumsuz etkilemektedir (Babcock ve Albano, 2012). Bu caligma kapsaminda, gorece
diigiik miktarlarda OHKK degisiminin gozlenmesinin nedenlerinden biri yalnizca kolay
yonde degisen MPS kosullarinin ele alinmis olmasindan kaynakli olabilir.

Yukarida verilen OHKK degerleri acisindan elde edilen farklarm istatistiksel
olarak manidar olup olmadigmi incelemek i¢in bagimsiz érneklemler i¢in yapilan i

faktorli ANOVA sonuglar1 Tablo 7°de verilmistir.
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Tablo 7.

Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalari icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana goére OHKK

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde < Kareler Kareler . E..tki..,..
g?nlfasa <. Varyansin Kaynagi Toplami1 sd Ortalamast F Buyul;lugu
iyukligi (n%)

MPS Biiyiikligii 0.039 3 0.013 652.56* 0.02
MPS Yiizdesi 0.884 3 0.295 14791.44* 0.57
Olgiim 0.180 2 0.090 3011.83* 0.11
MPS
Biiylkligi*MPS 0.023 9 0.003 384.85* 0.01
Yiizdesi
MPS *

200 Bilyiikliigi*Olgiim 0.005 6 0.001 83.66 0.01
MPS Yiizdesi*Olciim 0.115 6 0.019 1924.23* 0.07
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.005 18 0.000 83.66* 0.00
Yiizdesi*Olciim
Hata 0.284 4752 0.000
Toplam 1.535 4799
MPS Bilyiikligii 0.104 3 0.035 1752.51* 0.03
MPS Yiizdesi 1.431 3 0.477 24113.87* 0.54
Olgiim 0.449 2 0.225 7566.13* 0.16
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.068 9 0.008 1145.87* 0.02
Yiizdesi
MPS N

500 Biiyiikligi*Olgim 0.016 6 0.003 269.62 0.00
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.274 6 0.046 4617.19* 0.10
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.020 18 0.001 337.02* 0.00
Yiizdesi*Ol¢iim
Hata 0.282 4752 0.000
Toplam 2.644 4799
MPS Biiyiikliigii 0.718 3 0.239 9425.24* 0.12
MPS Yiizdesi 1.880 3 0.627 24678.90* 0.32
Olgiim 1.777 2 0.889 23326.81* 0.30
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.253 9 0.028 3321.15* 0.04
Yiizdesi

1000 S e 0205 6 0034  2691.05* 0.03
Biiyiikligi*Oleiim ' ' ' '
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.552 6 0.092 7246.14* 0.09
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.089 18 0.005 1168.31* 0.01
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.362 4752 0.000
Toplam 5.836 4799

*p<.05
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Ortalama Hatalarm Karekokii degerlerine iliskin bagimsiz orneklemler igin {ig
faktorli  ANOVA sonuclar1 genel olarak incelendiginde 1000 kisilik yanitlayic
ornekleminde, 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 igin MPS biiyiikliigii, MPS
yiizdesi, MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim sayisinin hem temel etki, hem ikili
etkilesim hem de tglii etkilesim etkilerinin OHKK iizerinde istatistiksel olarak manidar
etkisi oldugu goriilmiistiir. Bu etkiler cogunlukla diisiik ve yiiksek diizeydedir (Cohen,
1988, 5.413). Yapilan Post-Hoc test sonuglar1 da tiim faktorlerin tiim diizeyleri agisindan
fark oldugunu ortaya koymustur. Yeterlik kestirimlerine iliskin OHKK {izerinde en fazla
etkisi olan faktor; MPS yiizdesidir. Bir bagka ifade ile MPS’ye iligkin belirtilen faktorler
OHKK’y1 yani hata degerlerini ve dolayisiyla dlgme kesinligini olumsuz yonde
etkilemektedir. Bu dogrulta BOBUT uygulamalarinda MPS’1li madde bankasmin uzun
sire kullanimindan kaynakli, bazi maddelerin madde gii¢liikk parametrelerinin kolay
yonde MPS gosterdigi durumda yetenek kestirimleri 6nemli diizeyde etkilenmekte ve
daha hatali sonuglar elde edilmektedir. Bu bulgu Risk’in (2015) ¢alismasiyla da paralellik
gostermektedir. Benzer bulguya Babcock ve Albano’nun (2012) calismasinda da
rastlanmis olmakla birlikte, bu ¢alismada OHKK degerleri lizerinde en fazla etkisi olan
faktoriin MPS biiytikliigli oldugu belirtilmistir.

Alanyazinda MPS’nin OHKK {izerinde istatistiksel olarak manidar etkisinin
olmadigini belirten ¢alismalar da mevcuttur (Guo ve Wang, 2003; Wells vd., 2002).
Ornegin, 2PLM’yi kullanan Wells ve digerleri (2002) drneklem biiyiikliigii ve MPS’li
madde sayisinin yetenek kestirimlerindeki hatay1 daha ¢ok etkiledigini, ancak bu etkinin
istatistiksel olarak manidar olmadigini belirtmistir. Ancak, belirtilen ¢galismalarda simiile
edilen 6rneklem biiytlikliigli, madde bankasi biiylikligii ve MPS kosullar1 degiskenlik
gostermektedir. Bu dogrultuda, BOBUT uygulamalarinda madde bankasinda MPS’li
madde bulunmasi yetenek kestirimlerine iliskin OHKK degerlerini olumsuz yonde
etkilerken hangi faktoriin bu degeri daha olumsuz etkiledigi ve/veya etkilemedigi,
kullanilan MTK modeli, drneklem biiyiikliigii, madde bankas1 biiyiikliigii veya MPS
kosuluna gore degiskenlik gosterebilir.

Arastirmada ele aliman bagimsiz degisken kosullarinin karsilastirildigi 6lgme
kesinligine iliskin {¢iincii olciit (bagimli degisken), yeterlik kestirimlerine ait MOF
degerleridir. MOF degerlerine iliskin bulgular sekil 5.a, 5.b ve 5.c’de yer almaktadir.
Bulgularin iic madde bankasi i¢in de paralellik gdstermesinden dolayi, {i¢ sekile iliskin

yorumlar sekillerin ardindan toplu olarak sunulmustur.
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Sekil 5.a. Orneklem n=1000 oldugunda 200 Maddelik Banka i¢in MOF Degerleri
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Sekil 5.b. Orneklem n=1000 oldugunda 500 Maddelik Banka i¢in MOF Degerleri
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Sekil 5.c. Orneklem n=1000 oldugunda 1000 Maddelik Banka icin MOF Degerleri

Sekil 5.a, 5.b ve 5.c. Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl: Biiyiikliikteki Madde Bankalar1
icin Farkli MPS Bilyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zaman
Noktasina gére MOF Degerlerinin Karsilastiriimasma Iliskin Grafikler

Maksimum Ortalama Fark degerine iliskin grafikler incelendiginde; 1000 kisilik
yanitlayict 6rnekleminde 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 i¢in MPS miktar1
biiyiidiikge (0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve MPS yiizdesi arttik¢a (%0, %5, %10, %20), ii¢
farkl1 zaman noktasinda elde edilen yetenek kestirimlerine ait MOF degerlerinin artma
egiliminde oldugu goriilmektedir. MOF agisindan en yiiksek degerler MPS biiyiikliigiiniin
1.00, MPS yiizdesinin %20 oldugu ve ii¢lincii 6l¢iimiin alindig1 noktada elde edilmistir.
MOF degerleri, gercek ve Kestirilen yetenek degerleri arasindaki ortalama yanliligi
gostermektedir. Sifira yakin MOF degerleri, daha dogru yetenek kestirimi yapildigi
anlamina gelmektedir. Bu dogrultuda Sekil 5.a, 5.b ve 5.c’de goriildiigi iizere, MPS
miktari, MPS yiizdesi ve MPS’li madde bankasi ile yapilan dl¢tim sayis1 arttik¢ca daha
yanli yetenek kestirimleri elde edilmekte ve dolayisiyla da 6lgme kesinligi diismektedir.
Bu egilim madde bankasi biiyiikliigii artsa da degiskenlik gdstermemektedir. MOF
degerlerindeki bu degisim sadece MPS’nin olmadigi temel diizey veri seti igin ortaya
cikmamastir.

Park, Li ve Xing (2016) MPS’nin etkisini ger¢ek ve simiilatif veri {lizerinde
inceledikleri arastirmalarinda, madde giigliik ve aymricilik degerlerinde MPS olmasi

durumunda madde parametrelerinin degismesine bagli olarak yetenek kestirimlerinin
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olumsuz etkilendigini, dolayisiyla MOF degerlerinin arttig1 sonucuna ulagmislardir.
Benzer bulguya Risk’in (2015) ¢alismasinda da rastlanmaktadir. Chen (2013), yaptigi
calismada madde bankasinda madde giicliik parametresi kolay yonde degisim gosteren
madde sayis1 arttikca, ortalama yanliligi ifade eden bu degerin arttigini belirtmistir. Wells
ve digerleri (2002) ise madde bankasindaki %20 oranindaki maddenin madde giigliik
parametresindeki sapmanin, madde ayiricilik parametresindeki sapmaya gore yetenek
kestirimlerine iliskin MOF degerlerini diisiik diizeyde de olsa etkiledigini ancak bu
etkinin 6nemli diizeyde olmadigini belirtmislerdir. Ancak hem giiglik hem de ayiricilik
parametresinde ayni anda MPS goriilmesi durumunda, MOF degerlerinin daha ¢ok
etkilendigi sonucuna ulagilmistir.

Yukarida verilen MOF degerleri agisindan elde edilen farklarin istatistiksel olarak
manidar olup olmadigmni incelemek i¢in bagimsiz 6rneklemler i¢cin yapilan ili¢ faktorlii

ANOVA sonuglar1 Tablo 8’de verilmistir.
Tablo 8
Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde Bankalari icin Farkli MPS

Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére MOF

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde - Kareler Kareler . E..tki..v..
B?nlfasi N Varyansin Kaynagi Toplami sd Ortalamas F Buyul;lugu
Biyukligii (n?)
MPS Biiyiikligii 0.034 3 0.011 878.09* 0.04
MPS Yiizdesi 0.303 3 0.101 7825.30* 0.43
Olgiim 0.071 2 0.036 1833.65* 0.10
MPS
Biiyiklugi*MPS 0.019 9 0.002 490.70* 0.02
Yiizdesi
MPS *
200 Biiyiikliigii*Olgiim 0.014 6 0.002 361.57 0.02
MPS Yiizdesi*Olgiim 0.028 6 0.005 723.13* 0.04
MPS
Biiyiklugi*MPS 0.040 18 0.002 1033.04* 0.05
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.184 4752 0.000
Toplam 0.693 4799
MPS Biiyiiklugii 0.054 3 0.018 20.76* 0.00
MPS Yiizdesi 0.670 3 0.223 257.59* 0.05
500 Olgiim 0.150 2 0.075 57.67* 0.01
MPS
Biiyiiklugi*MPS 0.041 9 0.005 15.76 -
Yiizdesi

(Devam ediyor)
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Tablo 8 (Devam)

Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkly MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gore MOF

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde < Kareler Kareler . E..tki..,..
g?nlf"‘sl . Varyansin Kaynagi Toplami1 sd Ortalamast F Buyul;lugu
ytkIagi (%)
MPS
Biiyiikliigii*Olgiim 0.004 6 0.001 1.54 -
MPS Yiizdesi*Olgiim 0.090 6 0.015 34.60* 0.01
500 MPS
Biiyiikligi*MPS 0.004 18 0.000 1.54 -
Yiizdesi*Olciim
Hata 12.360 4752 0.003
Toplam 13.373 4799
MPS Biiyiikligi 0.174 3 0.058 51.42* 0.01
MPS Yiizdesi 0.758 3 0.253 224.01* 0.04
Olgiim 0.457 2 0.229 135.05* 0.02
MPS
Biiyiikligii*MPS 0.061 9 0.007 18.03 -
Yiizdesi
MPS
1000 Biiyiikliigi*Olgim 0.023 6 0.004 6.80 -
MPS Yiizdesi*Olgim  0.141 6 0.024 41.67* 0.01
MPS
Biiylikligi*MPS 0.026 18 0.001 7.68 -
Yiizdesi*Olgiim
Hata 16.080 4752 0.003
Toplam 17.720 4799
*p<.05

Maksimum Ortalama Fark degerlerine iliskin bagimsiz orneklemler igin iig
faktorli ANOVA sonuglar1 genel olarak incelendiginde 1000 kisilik yanitlayict
orneklemi ve 200 maddelik madde bankas1 i¢in MPS biiyiikligi, MPS yiizdesi, MPS’li
madde bankasi ile yapilan 6l¢iim sayisinin hem temel etki, hem ikili etkilesim hem de
tclii etkilesim etkilerinin MOF iizerinde istatistiksel olarak manidar etkisi oldugu
gorilmiistiir. Bunlar genel olarak diisiik etki biiyiikliiklerine sahiptir (Cohen, 1988,
5.413). 1000 kisilik yanitlayici 6rnekleminde 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 igin
de faktorlerin temel etki diizeyinde ve MPS yiizdesi*Olgiim seklinde iki faktdriin
etkilesim etkisinin MOF iizerinde manidar etkisi oldugu goriilse de genel olarak diigiik
etki biliyiikliigiine sahiptirler (Cohen, 1988, s.413). Yapilan Post-Hoc test sonuglar1 da
anlamhi fark cikan tiim faktorlerin tiim diizeyleri agisindan fark oldugunu ortaya
koymustur. Yeterlik kestirimlerine iliskin MOF {izerinde en fazla etkisi olan faktor; MPS
yiizdesidir. Bu dogrulta BOBUT uygulamalarinda MPS’li madde bankasinin uzun siire
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kullanimindan kaynakli, baz1 maddelerin madde giicliik parametresinin kolay yonde MPS
gosterdigi durumda yetenek kestirimleri 6nemli diizeyde etkilenmekte ve ortalama
yanlilik agisindan daha yanli sonuglar elde edilmektedir. Bu durum da 6lgme kesinligini
distirmektedir.

Risk’in (2015) ¢alismasinda MPS’li kosullar altinda MOF degerleri agisindan
istatistiksel olarak manidar sonuglar elde edilmese de madde bankasindaki MPS’li madde
sayisindan ¢cok MPS biiytikliigiiniin, MOF degerlerini daha ¢ok degistirdigi belirtilmistir.
Oyle ki en yiiksek MOF degeri MPS biiyiikliigiiniin 1.00 oldugu durumda elde edilmistir.
Ilgili alanyazinda MOF degerlerinin incelendigi bazi ¢alismalarda drneklem biiyiikliigii,
MPS biiyiikliigli, MPS’li madde sayis1 gibi farkl faktorler agisindan manidar sonuclar
elde edilmemesinin nedeninin, MPS kosullarindan ¢ok simiile edilen 6rneklem ve/veya
madde bankasinin yapaylhigindan kaynakli oldugu belirtilmektedir (Risk, 2015; Wells vd.,
2002).

Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarmin karsilastirildigi dordiincii
olciit (bagimli degisken) TBF degerleridir. TBF degerlerine iligskin bulgular sekil 6.a, 6.b
ve 6.c’de yer almaktadir. Bulgularin i¢ madde bankasi i¢in de paralellik gdstermesinden

dolay, ii¢ sekile iliskin yorumlar sekillerin ardindan toplu olarak sunulmustur.
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Sekil 6.a. Orneklem n=1000 oldugunda 200 Maddelik Banka i¢in TBF Degerleri
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Sekil 6.b. Orneklem n=1000 oldugunda 500 Maddelik Banka i¢in TBF Degerleri

6.3970 o—o—0 o—<c—=0
6.3967
6.3964 .\'—. —e o
6.3961
6.3958

6.3955

Test Bilgisi

6.3952

6.3949

6.3946

6.3943

6.3940

0.00 0.00 0.00 0.50 050 0.50 0.75 075 0.75 1.00 100 1.00

—8—"%0MPS 6.39706.39706.3970
—8—%5MPS 6.39706.3970 6.3970
%10 MPS 6.38706.3970 6.3970
%20 MPS 6.39706.39706.3970

6.39706.39706.3970
6.3967 6.3967 6.3967
6.2062 6.3062 6.3962
6.3956 6.3954 6.3954

6.39706.29706.3970
6.3966 6.2965 6.3965
6.3960 6.2959 6.3959
6.3954 6.29516.3950

6.39706.3970 6.3970
6.3964 6.3964 6.3964
6.3957 6.3957 6.3957
6.39486.3941 6.3941

MPS Biiyiikliigii

Sekil 6.c. Orneklem n=1000 oldugunda 1000 Maddelik Banka i¢in TBF Degerleri

Sekil 6.a, 6.b ve 6.c. Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkh Biiyiikliikteki Madde Bankalar1
icin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zaman
Noktasima gdre TBF Degerlerinin Karsilastirilmasina iliskin Grafikler

Test Bilgi Fonksiyonuna iligskin degerler incelendiginde; 1000 kisilik yanitlayict
ornekleminde, 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 i¢in MPS miktar1 biiyiidiikce
(0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve MPS yiizdesi arttik¢a (%0, %5, %10, %20), ii¢ farkli zaman
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noktasinda elde edilen yetenek kestirimlerine ait TBF degerlerinin azalma egiliminde
oldugu goriilmektedir. TBF acisindan en diisiik degerler MPS biiyiikliigiiniin 1.00, MPS
yiizdesinin %20 oldugu ve tlgiincii 6l¢glimiin alindig1 noktada elde edilmistir. TBF
degerleri standart hata ile ters orantilidir; standart hata degeri ne kadar diistikse, testin
verdigi bilgi miktar1 da o kadar artacaktir (Anil, 2005). Bu dogrultuda, MPS miktari, MPS
yiizdesi ve MPS’li madde bankasi ile yapilan dl¢iim sayisi arttikga testin verdigi bilgi
miktar1 diismektedir. Bu egilim madde bankasi biyiikliigii artsa da degiskenlik
gostermemektedir. TBF degerlerindeki bu degisim sadece, MPS olmadig: i¢in temel
diizey veri seti i¢in ortaya c¢ikmamustir. Alanyazinda, MPS oldugu durumda TBF
degerlerinin diisiik diizeyde de olsa degisme egiliminde oldugunu gosteren ¢alismalar
mevcuttur (Chan vd., 1999; Deng ve Melican, 2009; Guo ve Wang, 2003; 2005).

Chan ve digerleri (1999), 16 yillik siire¢ igerisinde zamana karst ASVAB’1n
psikometrik tutarliligini incelendikleri ¢aligmalarinda, 200 madde ve sekiz alt boyuttan
olusan testin, madde ve test karakteristik egrilerini karsilastrmiglardir. MPS’nin test
karakteristik egrileri lizerinde diisiik diizeyde de olsa farklara yol a¢tigini belirtmislerdir.
Guo ve Wang (2005) ise genis 6lcekli bir BOBUT uygulamasinda iki zaman noktasi i¢in
Olcek kaymasini inceledikleri c¢alismalarinda test karakterisik egrileri arasinda
onemsenmeyecek diizeyde farkliliklar belirlemislerdir. Ancak ¢alismada hem iki zaman
noktasi i¢in 6l¢iim alinmis hem de sinava katilan 169.111 kisi arasindan rastgele 10 tane
1000 Kkisilik orneklem ¢ekerek, bu 10 replikasyon iizerinden ¢alisildigindan,
arastirmacilar calisma sonucunda 100 replikasyon iizerinden c¢alisarak sonuglarin
degerlendirilmesi gerektigini vurgulamislardir. Bu calismada TBF agisindan fark
gdzlenmemesinin nedeni hem replikasyon sayist hem de iki zaman noktas1 gibi az bir
noktada 6l¢iim alinmasi olabilir.

Yukarida verilen TBF degerleri agisindan elde edilen farklarin istatistiksel olarak
manidar olup olmadigini incelemek igin bagimsiz 6rneklemler i¢in yapilan ¢ faktorli

ANOVA sonuglar1 Tablo 9°da verilmistir.

49



Tablo 9

Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalari icin Farkli MPS

Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére TBF Degerlerinin

Karsilastiriimasi

Madde < Kareler Kareler . E..tki..,..

g?nlfasa <. Varyansin Kaynagi Toplamu Ortalamast F Buyul;lugu

ytkIagi (%)

MPS Biiyiikliigii 19.342 3 6.447 79578.51* 0.35
MPS Yiizdesi 8.060 3 2.687 33161.14* 0.14
Olgiim 1.075 2 0.538 4422.86* 0.02
MPS
Biiylkligi*MPS 16.112 9 1.790 66289.37* 0.30
Yiizdesi
MPS *

200 Bilyiikliigi*Olgim 2.148 6 0.358 8837.49 0.03
MPS Yiizdesi*Olciim 2.148 6 0.358 8837.49* 0.04
MPS
Biiyiikliigi*MPS 4.294 18 0.239 17666.74* 0.08
Yiizdesi*Olciim
Hata 1.155 4752 0.000
Toplam 54.334 4799
MPS Biiyiikliigii 0.000 3 0.000 0.00* 0.00
MPS Yiizdesi 0.001 3 0.000 316.80* 0.02
Olgiim 0.012 2 0.006 3801.60 -
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.000 9 0.000 0.00* 0.00
Yiizdesi
MPS

500 Biiyiikligi*Olgim 0.003 6 0.000 950.40 -
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.005 6 0.000 1584.00 -
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.008 18 0.000 2534.40 -
Yiizdesi*Ol¢iim
Hata 0.015 4752 0.000
Toplam 0.045 4799
MPS Biiyiikliigii 0.000 3 0.000 0.00* 0.00
MPS Yiizdesi 0.001 3 0.001 279.53* 0.00
Olgiim 0.018 2 0.009 5031.53 -
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.068 9 0.007 19008.00* 0.00
Yiizdesi
MPS

1000 Biiyiikligi*Olgim 0.003 6 0.000 838.59 -
MPS Yiizdesi*Olgiim  0.014 6 0.002 3913.41 -
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.008 18 0.000 2236.24 -
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.017 4752 0.000
Toplam 0.130 4799

*p<.05
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Test Bilgi Fonksiyonu degerlerine iliskin bagimsiz 6rneklemler igin ii¢ faktorlii
ANOVA sonuglar1 genel olarak incelendiginde 1000 kisilik yanitlayic1 drnekleminde,
200 maddelik madde bankasi i¢in MPS biiyiikliigii, MPS ylizdesi, MPS’1li madde bankas1
ile yapilan 6lgim sayisinin hem temel etki, hem ikili etkilesim hem de tgli etkilesim
etkilerinin TBF {izerinde istatistiksel olarak manidar etkisi oldugu goriilmiistiir. 200
maddelik banka icin BOBUT uygulamalarinda MPS’li madde bankasinin uzun siire
kullanimindan kaynakli, baz1 maddelerin kolay yonde MPS gosterdigi durumda 6zellikle
MPS biiyiikLigii ve MPS biiyiikligii*MPS yiizdesi faktorlerinin TBF degerlerini 6nemli
diizeyde etkiledigi sonucu ¢ikarilabilir. Bir bagka deyisle, MPS’li madde bankasi testin
verdigi bilgi miktarin1 yani yeterlik kestirimlerinin giivenilirligini diigiirmektedir. Bu
etkiler diisiik ve yiiksek diizeydedir (Cohen, 1988, s.413). 1000 kisilik yanitlayici
ornekleminde 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 icin de MPS biiytikligii, MPS
yilizdesi ve MPS biiylikliigii*MPS yiizdesi seklinde iki faktoriin etkilesim etkisi oldugu
goriilse de bu etkiler diisiik diizeydedir (Cohen, 1988, s.413). Yapilan Post-Hoc test
sonuclar1 da anlaml fark ¢ikan tiim faktorlerin tiim diizeyleri a¢isindan fark oldugunu
ortaya koymustur. TBF iizerinde en fazla etkisi olan faktoriin ise MPS yiizdesi oldugu
goriilmektedir.

Alanyazinda MPS’nin TBF tizerindeki etkisinin incelendigi ¢alismalarda bu
bulguyu destekleyen galismalar olmakla birlikte (Chan vd., 1999), istatistiksel olarak
manidar fark gozlenmeyen calismalar da mevcuttur (Deng ve Melican, 2009; Guo ve
Wang, 2003; 2005). Chan ve digerleri (1999) tarafindan ASVAB’in psikometrik
tutarliliginin incelendigi ¢alismada 200 maddeden 25 tanesi (%12.5) MPS gdstermis ve
bu durum TBF degerlerini istatistiksel olarak manidar diizeyde etkilemistir. Bir bagka
ifade ile madde bankasinda %10 diizeyinde MPS goriilmesi TBF degerlerini 6nemli
diizeyde degistirmistir. Guo ve Wang (2003), ger¢ek ve simiilatif verilerden iki zaman
noktasinda 6l¢iim aldiklar1 ¢calismalarinda ise test karakteristik egrileri bakimindan ¢ok
diisiik miktarda farklar elde edilmis olup bu farklarin pratik anlamda etkisinin énemli
olmadigimi belirtilmislerdir. Benzer sekilde Guo ve Wang (2005) tarafindan yapilan
calismada GMAT® smavinda iki zaman noktasinda cesitli simiilasyon kosullar ile MPS
incelenmis, TBF ac¢isindan istatistiksel olarak manidar fark elde edilememistir. Ancak
MPS’nin etkisinin net bir sekilde gézlemlenebilmesi i¢in ikiden fazla zaman noktasma
ihtiya¢g vardir (Babcock ve Albano, 2012; Chan vd., 1999). Dolaysiyla belirtilen
calismalarda manidar fark ¢ikmamasinin nedeni iki noktada 6lgiim alinmis olmasindan

kaynaklanmis olabilir.
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Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarinin karsilastirildigr son dlgiit
(bagimli degisken), test etkililigine iliskin degerleridir. Buna iligkin bulgular, Tablo 10°da

Ozetlenmistir.

Tablo 10

Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkly MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére Test Etkililigi

Degerleri

ga?f;l MPS MPS Oleiim Or:tl?elg{n & Maddelerin Ortalama X2
Biiyliklugi Yiizdesi ¢ Uygulanma Orani1

Biyiikligi Uzunlugu
1 23.47 0.2330 0.1460
0.00 %0 2. 23.47 0.2330 0.1460
3 23.47 0.2330 0.1460
1. 23.54 0.2336 0.2247
%5 2. 23.56 0.2345 0.2252
3. 23.58 0.2345 0.2388
1. 23.56 0.2341 0.2451
0.50 %10 7 23.61 0.2347 0.2472
3. 23.64 0.2349 0.2688
1. 23.59 0.2343 0.2470
%20 2. 23.68 0.2359 0.2473
3. 23.77 0.2370 0.2953
1. 23.54 0.2342 0.2340
%5 2. 23.58 0.2345 0.2388
- 3. 23.62 0.2345 0.2537
& 1. 23.59 0.2346 0.2473
0.75 %10 2. 23.64 0.2346 0.2694
3. 23.64 0.2349 0.2816
1. 23.63 0.2353 0.2563
%20 2. 23.77 0.2369 0.2948
3. 23.80 0.2377 0.3374
1. 23.56 0.2345 0.2384
%5 2. 23.59 0.2348 0.2506
3 23.61 0.2349 0.2624
1 23.61 0.2347 0.2476
1.00 %10 2, 23.62 0.2349 0.2772
3. 23.65 0.2350 0.2897
1 23.69 0.2357 0.3119
%20 2. 23.67 0.2367 0.3821
3. 23.78 0.2374 0.4162
1. 23.41 0.0932 0.1020
= 0.00 %0 2, 23.41 0.0932 0.1020
D 3, 23.41 0.0932 0.1020
0.50 %5 1. 23.43 0.0933 0.1465

(Devam ediyor)
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Tablo 10 (Devam)

Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkly MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére Test Etkililigi

Degerleri

]';Aaffaesl MPS MPS Oleiim Or?;g{n & Maddelerin Ortalama X2
Biyiikligiic  Yiizdesi ¢ Uygulanma Orant1

Biyiikligi Uzunlugu
%5 2. 23.44 0.0934 0.1468
3. 23.47 0.0935 0.1484
1. 23.44 0.0934 0.1472
0.50 %10 2. 23.47 0.0937 0.1477
3. 23.51 0.0938 0.1512
1. 23.46 0.0936 0.1543
%20 2. 23.54 0.0939 0.1548
3. 23.64 0.0943 0.1567
1. 23.43 0.0935 0.2280
%5 2. 23.47 0.0935 0.2305
3. 23.48 0.0936 0.2320
1. 23.44 0.0934 0.4005
= 0.75 %10 2. 23.50 0.0937 0.4041
Lo 3. 23.51 0.0937 0.4113
1. 23.48 0.0937 0.4111
%20 2. 23.64 0.0943 0.4168
3. 23.66 0.0945 0.4243
1. 23.43 0.0935 0.4030
%5 2. 23.47 0.0936 0.4074
3. 23.49 0.0937 0.4090
1. 23.45 0.0935 0.4032
1.00 %10 2. 23.53 0.0938 0.4045
3. 23.54 0.0939 0.4115
1. 23.53 0.0939 0.4135
%20 2. 23.71 0.0944 0.4213
3. 23.73 0.0947 0.4378
1. 23.39 0.0467 0.3685
0.00 %0 2. 23.39 0.0467 0.3685
3. 23.39 0.0467 0.3685
1. 23.41 0.0467 0.3685
%5 2. 23.44 0.0468 0.3706
3. 23.48 0.0469 0.3706
o 1. 23.42 0.0468 0.3698
§ 0.50 %10 2. 23.49 0.0469 0.3755
3. 23.56 0.0470 0.3761
1. 23.43 0.0468 0.3713
%20 2. 23.55 0.0470 0.3727
3. 23.68 0.0473 0.3770
1. 23.42 0.0468 0.3722
0.75 %5 2. 23.47 0.0469 0.3724
3. 23.49 0.0469 0.3745

(Devam ediyor)
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Tablo 10 (Devam)

Orneklem n=1000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkly MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére Test Etkililigi

Degerleri

]';Aaffaesl MPS MPS Oleiim Or?;g{n & Maddelerin Ortalama X2
Biyiikligiic  Yiizdesi ¢ Uygulanma Orant1

Biyiikligi Uzunlugu
1. 23.46 0.0468 0.3737
%10 2. 23.56 0.0470 0.3763
0.75 3. 23.63 0.0471 0.3763
1 23.49 0.0469 0.3735
%20 2 23.68 0.0473 0.3735
3 23.79 0.0475 0.3798
o 1 23.44 0.0468 0.3725
b= %5 2 23.48 0.0469 0.3734
- 3 23.49 0.0469 0.3746
1 23.49 0.0469 0.3770
1.00 %10 2 23.61 0.0472 0.3770
3 23.67 0.0472 0.3781
1 23.55 0.0470 0.3799
%20 2 23.78 0.0475 0.3800
3 23.81 0.0475 0.3806

Tablo 10 incelendiginde; 1000 kisilik yanitlayici 6rnekleminde, 200, 500 ve 1000
maddelik madde bankalar1 i¢in MPS miktar1 biiyiidiik¢e (0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve MPS
yiizdesi arttik¢a (%0, %5, %10, %20), ti¢ farkli zaman noktasinda elde edilen yetenek
kestirimlerine ait ortalama test uzunlugu, maddelerin ortalama uygulanma oranlari ve X?
degerlerinin artma egiliminde oldugu goriilmektedir. X? degeri gdzlenen ve beklenen
madde kullanim siklig1 arasindaki farki ifade etmektedir ve bu deger ne kadar diisiikse,
testler o kadar etkilidir. X? ve ortalama test uzunluguna iliskin egilim madde bankas1
biiyiikliigli arttikca degismemistir. Ancak madde bankas biiyiikliigii arttikca maddelerin
ortalama uygulanma oranmi1 azalmistir. Test etkililigi degerlerindeki bu degisim sadece
MPS’nin olmadigi (%0 MPS ve 0.00 MPS biiyiikliigii kosulu) temel diizey veri seti i¢in
ortaya ¢cikmamistir. Bu dogrultuda test etkililigine iliskin olarak MPS miktari, MPS
biiytikliigi ve MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim sayisi arttik¢a daha az etkili testler
elde edildigi belirtilebilir.

Benzer bulguya alanyazinda yapilan bazi ¢aligmalarda da rastlanmaktadir
(Bergstrom ve Stahl, 1992; Lunz ve Stahl; 1993). BOBUT’ ta MPS’yi etkileyen dnemli

faktorlerden biri maddelerin goriilme sikligidir. Bu dogrultuda etkili testler elde etmede

54



minimum madde bankasi biiyiikliigiiniin 200-300 olmasi gerektigi belirtilmektedir (Lunz
ve Stahl; 1993). Bu ¢alisma kapsaminda MPS’li madde bankasina iligkin test etkililigi
bakimmdan c¢ok diisiikk diizeyde farkliliklar elde edilmesinin nedeni minimum 200
maddelik madde bankasi ile ¢alisilmasi olabilir. Risk’in (2015) ¢alismasinda ise MPS’li
maddelerin oldugu kosullarda daha etkili testler elde edildigi goriilmiis ve bu durumun
nedeni olarak simiile edilen kosullardan madde bankasindaki maddelerin, 6rnekleme

uygun olmamasi olarak belirtilmistir.

Orneklem Biiyiikliigiiniin 5000 Oldugu Durumda Kosullarin Karsilastirilmasina
fliskin Bulgular

5000 kisilik 6rneklem biiytikligi ve 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1
icin bulgulara asagida yer verilmistir.

Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarinin karsilastirildigr 6lgme
kesinligine iliskin birinci 6lciit (bagimli degisken), yeterlik kestirimlerine ait yanlilik
degerleridir. Yanlhilik degerlerine iliskin bulgular sekil 7.a, 7.b ve 7.c’de yer almaktadir.
Bulgularin ic madde bankasi i¢in de paralellik gostermesinden dolayi, ii¢ sekile iligkin

yorumlar sekillerin ardindan toplu olarak sunulmustur.

0.0000
0.0200
-0.0400
-0.0600
s D080
< -0.1000
o
> 01200
-0.1400
-0.1600
-0.1800
-0.2000
000 000 | 000 050 050 050 075 075 075 100 100 100
%0MPS  -0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0076 0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0076
%5MPS  -0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0246 -0.0291 -0.0350 -0.0354 -0.0350 -0.0392 -0.0356 -0.0376 -0.0376
%10 MPS -0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0403 -0.0445 -0.0567 -0.0618 -0.0697 0.0725 -0.0725 -0.0854 -0.0854
%20 MPS -0.0076 -0.0076 -0.0076 -0.0825 -0.0794 -0.1135 -0.1035 -0.1096 0.1331 -0.1135 -0.1331 -0.1660
MPS Byikliigi

Sekil 7.a. Orneklem n=5000 oldugunda 200 Maddelik Banka i¢in Yanlilik Degerleri
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-0.1500
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-0.2100
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—e—%0MPS -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010
—8—%5MPS  -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0203 -0.0225 -0.0299 -0.0216 -0.0312 -0.0526 -0.0312 -0.0798 -0.0798
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%20 MPS -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0768 -0.0824 -0.1446 -0.1303 -0.1641 -0.1564 -0.1641 -0.2586 -0.2586

MPS Blyiikligii

Sekil 7.b. Orneklem n=5000 oldugunda 500 Maddelik Banka i¢in Yanlilik Degerleri

0.0000

-0.0200 ’—\
—o——s
-0.0400 ~e

-0.0600
X -0,0800
E
£ -0.1000
-0.1200
-0.1400
-0.1600
-0.1800
000 000 000 050 050 050 075 075 075 100 100 | 100
—e—%0MPS 00014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014
—e—%5MPS  -0,0014 -0.0014 -0.0014 -0.0172 -0.0185 -0.0290 -0.0310 -0.0310 -0.0313 -0.0212 -0.0329 -0.0400
%10 MPS -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0325 -0.0550 -0.0587 -0.0470 -0.0576 -0.0615 -0.0550 -0.0807 -0.0807
%20 MP$ -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0928 -0.1100 -0.1243 -0.1207 -0.1276 -0.1359 -0.1243 -0.1359 -0.1596

MPS Blyuklugu

Sekil 7.c. Orneklem n=5000 oldugunda 1000 Maddelik Banka i¢in Yanlilik Degerleri

Sekil 7.a, 7.b ve 7.c. Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkh Biiyiikliikteki Madde Bankalar1
icin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkli Zaman

Noktasima gdre Yanlilik Degerlerinin Karsilastirilmasma Iliskin Grafikler

Yanliliga iliskin degerler incelendiginde; 5000 kisilik yanitlayict drnekleminde
200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 icin MPS miktar1 biiyiidiik¢e (0.00, 0.50,
0.75, 1.00) ve MPS yiizdesi arttik¢a (%0, %S5, %10, %20), ii¢ farkli zaman noktasinda
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elde edilen yetenek kestirimlerine ait yan/ilik degerlerinin negatif yonde artma egiliminde
oldugu goriilmektedir. Bir baska deyisle MPS miktari, MPS yiizdesi ve MPS’li madde
bankasi ile yapilan 6lglim sayist arttik¢a daha yanli yetenek kestirimleri elde edilmekte,
dolayistyla 6lgme kesinligi de diismektedir. Bu egilim madde bankas1 biiyilik[iigii artsa da
degiskenlik gostermemistir. Bir diger ifadeyle, BOBUT uygulamali testlerde MPS’li
madde miktar1 ve bankadaki MPS’li madde yiizdesi arttig1 slirece, madde bankasinin
bliylimesi, yeterlik kestirimlerinin yanli olmasint engellememektedir. Yanlilik
degerlerindeki bu degisim sadece, MPS olmadig: i¢in temel diizey veri seti i¢in ortaya
¢cikmamustir.

Negatif yanlilik degerleri, bireylerin Kestirilen yetenek degerlerinin gercek
yeteneklerinden  diistik  oldugunu  gostermektedir. MPS’nin  kolay  yonde
gerceklesmesinden dolayr yanlilik degerlerinin pozitif yonde artmis olmasi beklenirdi.
Alanyazinda MPS’nin yanlilik degerlerini negatif yonde etkiledigini gosteren ¢calismalar
mevcuttur (Aksu Diinya, 2017; Chen, 2013; Risk, 2015; Rupp ve Zumbo, 2003b). Rupp
ve Zumbo (2003b) tarafindan yapilan ¢alismada 6zellikle madde gii¢liigiiniin 0.40 logit
kadar degistigi durumda negatif yanlilik degerleri elde edildigini ve bu durumun da test
bilgi fonksiyonu degerini diistirdiigii belirtilmistir. Risk (2015) de MPS’nin etkisini
BOBUT ortaminda inceledigi c¢alismasinda, MPS’li madde bankasmin yetenek
kestirimlerini etkiledigini ve bu durumun da negatif yanlilik kestirimleri ortaya
cikardigmi belirtmistir. Bu calisma kapsaminda negatif yanlilik degerleri elde edilmesinin
nedenleri; sadece kolay yonde gerceklesen MPS durumunun ele alinmig olmasi (Aksu
Diinya, 2017; Wei, 2013) veya bireylerin madde bankasinda yeteneklerine uygun
maddelerle karsilagmalarina ragmen bunlar1 yanlis yanitlamasi olabilir.

Madde parametre sapmasinin yanlilik degerlerini c¢ok fazla etkilemedigini
gosteren caligmalar da mevcuttur (Guo ve Wang, 2003; Kingsbury ve Wise, 2011).
Ornegin Kingsbury ve Wise (2011) Measure of Academic Progress smavinda madde
parametrelerinin siirekliligi ve bunlarin yetenek kestirimlerine etkisini inceledikleri
calismalarinda 15 yillik siireg igerisinde alt1 zaman noktasinda dl¢iim almislar ve madde
giicliikleri acgisindan Olglimler arasinda yiiksek diizey korelasyonlar bulmuglardir.
Dolayisiyla bu durum da yetenek kestirimlerine iliskin yanliligi ¢ok diisiik ve dnemli
olmayan diizeyde etkilemistir. Ciinkii ¢alismada madde giigliikklerindeki MPS miktarmin
standart sapmasi1 0.01°den daha diisiik ¢ikmistir. Bir baska ifade ile MPS miktar1 ¢ok
diisiik diizeyde oldugu icin yanlilik degerleri ¢ok fazla etkilenmemistir. Ancak 6zellikle

0.50 logit ve lizerinde MPS olan durumlar parametre kestirimlerini 6nemli diizeyde
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etkilemektedir (Han ve Wells, 2007; Wollack vd., 2005). Bu ¢aligma kapsaminda da 0.50

logit ve tlizerinde MPS olan kosullar degerlendirildigi i¢cin yanlilik degerleri agisindan

diistik de olsa farklar elde edildigi belirtilebilir.

Yukarida verilen yanlilik degerleri acisindan elde edilen farklarin istatistiksel

olarak manidar olup olmadigni incelemek i¢in bagimsiz oérneklemler i¢in yapilan g

faktorli ANOVA sonuglart Tablo 11°de verilmistir.

Tablo 11

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gore Yanlilik

Degerlerinin Karsilastirilmast

Madde . Kareler Kareler .. E..tki..,..
B?nlfasi . Varyansin Kaynagt Toplami Ortalamasi F Buyul;lugu
Biiyiikligi ()
MPS Biiyiikligi 0.383 3 0.128 18571.59* 0.10
MPS Yiizdesi 2.971 3 0.990 144063.18* 0.76
Olgiim 0.166 2 0.083 8049.31* 0.04
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.117 9 0.013 5673.31* 0.03
Yiizdesi
MPS N
200 Bﬁyﬁklﬁgﬁ*OIQﬁm 0.011 6 0.002 533.39 0.00
MPS Yiizdesi*Olgiim 0.104 6 0.017 5042.94* 0.02
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.018 18 0.001 872.82* 0.00
Yiizdesi*Ol¢iim
Hata 0.098 4752 0.000
Toplam 3.868 4799
MPS Biiyiikliigii 2.081 3 0.694 99888.00* 0.18
MPS Yiizdesi 6.748 3 2.249 323904.00* 0.60
Olgiim 1.069 2 0.535 51312.00* 0.09
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.806 9 0.090 38688.00* 0.07
Yiizdesi
500 MPS ) 0.224 6 0037  10752.00* 0.02
Biiyiikligi*Olgiim : ' : :
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.183 6 0.031 8784.00* 0.01
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.212 18 0.012 10176.00* 0.02
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.099 4752 0.000
Toplam 11.422 4799
MPS Biiyiikliigii 0.228 3 0.076 11169.65* 0.04
1000 MPS Yiizdesi 4.403 3 1.468 215701.61* 0.88
Olgiim 0.160 2 0.080 7838.35* 0.03
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Tablo 11 (Devam)

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gorve Yanlilik

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde . Kareler Kareler . E..tki..,..
g?nlfasi . Varyansin Kaynagi Toplami sd Ortalamasi F Buyul;lugu
iyukligi (n%)
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.033 9 0.004 1616.66* 0.00
Yiizdesi
MPS -
Biiyiikligi*Oleim 0.017 6 0.003 832.82 0.00
1000 MPS Yiizdesi*Olciim 0.049 6 0.008 2400.49* 0.01
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.007 18 0.000 342.93* 0.00
Yiizdesi*Olciim
Hata 0.097 4752 0.000
Toplam 4,994 4799
*p<.05

Yanliliga iliskin olarak bagimsiz érneklemler i¢in ti¢ faktorlii ANOVA sonuglari
genel olarak incelendiginde 5000 kisilik yanitlayic1 6rneklemi ve 200, 500 ve 1000
maddelik madde bankalar1 i¢cin MPS biiytikliigii, MPS yiizdesi, MPS’li madde bankasi ile
yapilan Ol¢iim sayismin hem temel etki, hem ikili etkilesim hem de iglii etkilesim
etkilerinin yanlilik tizerinde istatistiksel olarak manidar etkisi oldugu goriilmiistiir. Bunlar
genel olarak diisiik etki biiyiikliiklerine sahiptir (Cohen, 1988, s. 413). Yapilan Post-Hoc
test sonuglar1 da tiim faktorlerin tiim diizeyleri agisindan fark oldugunu ortaya koymustur.
Yeterlik kestirimlerinin yanlilig1 tizerinde en fazla etkisi olan faktor; MPS yiizdesidir. Bir
baska ifade ile MPS’ye iliskin olarak karsilastirilan faktorler yanliligr ve dolayisiyla
Olgme kesinligini olumsuz yonde etkilemektedir. Buna gére, BOBUT uygulamalarinda
MPS’li madde bankasmin uzun siire kullanimindan kaynakli, bazi maddelerin kolay
yonde MPS gosterdigi durumda yetenek kestirimleri 6nemli diizeyde etkilenmekte ve
yeterlikler yanli olarak kestirilme egiliminde olmaktadir. Benzer bulguya alanyazinda
yapilan bazi ¢alismalarda da rastlanmaktadir (Abad vd., 2010; Babcock ve Albano, 2012).

Abad ve digerleri (2010) MPS’nin BOBUT iizerindeki etkilerini inceledikleri ve
3PLM’yi kullandiklar1 ¢alismalarmmda, MPS’nin yanliligi negatif yonde ve Onemli
diizeyde etkiledigini belirtmislerdir. Madde giiclik ve ayiricilik parametrelerindeki
degisimin yetenek kestirimlerini, dolayisiyla da yanliligi orta diizeyde etkiledigi

goriilmiis ve bu nedenle madde bankalarmin siirekli yenilenmesi gerektigini
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belirtmiglerdir. Chen (2013) ise MPS’nin 6lgekleme maddelerinde gériillmesi durumunda
yanlilik degerlerinin negatif yonde arttigini belirtmislerdir. Dolayisiyla MPS, dl¢ekleme
stirecini de olumsuz yonde etkileyen bir faktor olarak ortaya ¢ikmaktadir. Ancak bazi
aragtirmalar MPS’nin yanlilik iizerinde 6nemli bir etkisinin olmadigmi da gostermektedir
(Guo ve Wang, 2010; Risk, 2015). Ancak bu ¢alismalarda da iki zaman noktasinda 61gtim
almmustir.

Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarmin karsilagtirildigir 6lgme
kesinligine iligkin ikinci Ol¢iit (bagimhi degisken), yeterlik kestirimlerine ait OHKK
degerleridir. OHKK degerlerine iliskin bulgular sekil 8.a, 8.b ve 8.c’de yer almaktadir.
Bulgularin ic madde bankas1 i¢in de paralellik gostermesinden dolayi, {i¢ sekile iliskin

yorumlar sekillerin ardindan toplu olarak sunulmustur.

0.7100
0.6900
0.6700
0.6500
0.6300

0.6100

OHKK

0.5900

0.5700

0.5500

0.5300

0.5100
0-4900 0.00 0.00 0.00

—e—%0MPS 0.51150.51150.5115

%5 MPS 0.51150.5115 0.5115

%10 MPS 0.5115 0.5115 0.5115

%20 MPS 0,51150.5115 0.5115

Sekil 8.a. Orneklem n=5000 oldugunda 200 Maddelik Banka igin OHKK Degerleri

——

0.50  0.50 0.50
0.5115/0.5115 0.5115
0.5121/0.5184 0.5224
0.5176/0.5331 0.5509
0.5288 0.5649 0.6064

*——e

0.75 075 075
0.51150.51150.5115
0.5155/0.5224 0.5315
0.5258 0.5509 0.5679
0.5437 0.6064 0.6453

MPS Bilyiikligii
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*——=e

1.00 1.00 1.00
0.51150.5115 0.5115
0.51840.5278 0.5340
0.53310.5541 0.5655
0.56490.6212 0.7056



0.5500
0.5400
0.5300
0.5200
0.5100
0.5000
0.4300
0.4800
0.4700
0.4600

OHKK

0.4500
0.4400
0.4300
0.4200
0.4100
0.4000

0.3900
0.00  0.00 0.00

—8—%0MPS 0.39510.39510.3951
—e— %5 MPS 0.3951 0.3951 0.3951
%10 MPS 0.3951 0.3951 0.3951
%20 MPS 0.3951 0.2951 0.3951

Sekil 8.b. Orneklem n=5000 oldugunda 500 Maddelik Banka i¢in OHKK Degerleri

0.5400

0.5200

0.5000

0.4800

0.4600

OHKK

0.4400

0.4200

0.4000

0.3800
0.00 0.00 0.00

—8— %0 MPS 0.3949 0.39490.3949
—e— %5 MPS (0.3949 0.39490.3949
%10 MPS 0.3949 0.39490.3949
%20 MPS 0.3949 0.39490.3949

L

0.50 0.50 0.50
0.3951 0.3951 0.3951
0.3967 0.3994 0.4108
0.3977 0.4134 0.4275
0.4054 0.4447 0.4982

£

075 075 075
0.39510.39510.3951
0.3976 0.4108 0.4190
0.4029 0.42750.4373
0.4234 0.5049 0.5309

MPS Biiyiikliigil

—_—

0.50  0.50 0.50
0.39490.39490.3949
0.39550.39890.4020
0.40020.40500.4226
0.40850.43050.4601

._.,__/_.

075 075 0.75
0.2949 0.29490.3949
0.2992 0.40200.4097
0.4013 0.42260.4333
0.4206 0.46010.5023

=

1.00 1.00 1.00
0.39510.3951 0.3951
0.3994 0.4097 0.4162
0.41340.4291 0.4398
0.4447 0.5309 0.5370

L

100 100 1.00
0.29490.39490.3949
0.29890.40780.4148
0.40500.42300.4317
0.43050.51260.5295

MPS Biiy ikl Ui

Sekil 8.c. Orneklem n=5000 oldugunda 1000 Maddelik Banka i¢in OHKK Degerleri

Sekil 8.a, 8.b ve 8.c. Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkh Biiyiikliikteki Madde Bankalar1
icin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zaman
Noktasma gére OHKK Degerlerinin Karsilastirilmasma Iliskin Grafikler

Ortalama Hatalarin Karekoniine iligkin degerler incelendiginde; 5000 kisilik
yanitlayict 6rnekleminde 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 igin MPS miktar1
biiyiidiik¢e (0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve MPS yiizdesi arttik¢a (%0, %5, %10, %20), ii¢
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farkli zaman noktasinda elde edilen yetenek kestirimlerine ait OHKK degerlerinin artma
egiliminde oldugu gorilmektedir. OHKK agisindan en yiliksek degerler MPS
biiylikliigiiniin 1.00, MPS ylizdesinin %20 oldugu ve iiciincii 6l¢iimiin alindig1 noktada
elde edilmistir. Gergek ve kestirilen yetenek degerleri arasindaki hatay1 gosteren OHKK
degeri sifira ne kadar yakinsa BOBUT uygulamasi, ger¢ek yetenek degerine o kadar yakin
kestirim yapmis demektir. Bu dogrultuda, MPS miktari, MPS yiizdesi ve MPS’li madde
bankasi ile yapilan 6l¢iim sayisi arttikca daha hatali yetenek kestirimleri elde edilmekte,
dolayisiyla 6l¢me kesinligi de diismektedir. Bu egilim madde bankasi biiytikliigii artsa da
degiskenlik gdstermemektedir. OHKK degerlerindeki bu degisim sadece MPS’nin
olmadig1 temel diizey veri seti i¢in ortaya ¢ikmamistir.

Sekil 8.a- 8.c incelendiginde elde edilen bir diger bulgu 200, 500 ve 1000
maddelik madde bankalar1 icin madde bankas1 biiylikliigi arttikca OHKK degerleri
azalma egilimi gostermistir. Risk (2015) tarafindan yapilan ¢alismada da 300, 500 ve
1000 maddelik madde bankalar1 kullanilmis ve madde bankasi biiyiikliigii arttikca OHKK
degerlerinin azaldig1 goriilmiistiir. Bu durum, madde bankas1 biiylikliigii arttikca gergek
ve Kkestirilen yetenek degeri arasindaki hatanin bir miktar distiigiinii gostermektedir. Bir
baska ifade ile madde bankasi biiyiikliigii arttik¢a, bireyler gercek yeteneklerine daha
yakin maddelerle karsilagsmis ve bu nedenle hata miktar1 diismiis olabilir.

Madde parametre sapmasma iliskin kosullarin OHKK degerlerini arttirdigina,
alanyazinda yapilan bazi ¢aligmalarda da rastlanmaktadir (Aksu Diinya, 2017; Babcock
ve Albano, 2012; Chen, 2013; Risk, 2015; Wells vd., 2002). Bu ¢alismadaki duruma
benzer sekilde Babcock ve Albano (2012) da en diisiik OHKK degerini temel diizey veri
seti i¢in elde etmis olup, 6zellikle madde bankasindaki MPS’li madde sayis1 arttik¢a hata
degerinin daha fazla arttigini belirtmiglerdir. Aksu Diinya (2017) de madde bankasindaki
MPS’li madde sayis1 ve MPS’li maddelerden etkilenen birey sayisi arttikca OHKK
degerlerinin bu calismadakine benzer sekilde artmasinin, 6lgme kesinligini diistirdiiglinii
belirtmistir.

Yukarida verilen OHKK degerleri agisindan elde edilen farklarin istatistiksel
olarak manidar olup olmadigni incelemek i¢in bagimsiz o6rneklemler i¢in yapilan ig¢

faktorli ANOVA sonuglar1 Tablo 12°de verilmistir.
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Tablo 12

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana goére OHKK

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde < Kareler Kareler . E..tki..,..
g?nlf"‘sl <. Varyansin Kaynagi Toplami1 sd Ortalamast F Buyul;lugu
iyukligi (n%)

MPS Biiyiikligii 0.408 3 0.136 7400.06* 0.07
MPS Yiizdesi 2.760 3 0.920 50059.24* 0.47
Olgiim 1.226 2 0.613 22236.46* 0.21
MPS
Biiylkligi*MPS 0.267 9 0.030 4842.69* 0.04
Yiizdesi
MPS *

200 Bilyiikliigii*Olgim 0.044 6 0.007 798.05 0.00
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.706 6 0.118 12805.01* 0.12
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.085 18 0.005 1541.68* 0.01
Yiizdesi*Olciim
Hata 0.262 4752 0.000
Toplam 5.758 4799
MPS Biiyiikliigii 0.160 3 0.053 11880.00* 0.03
MPS Yiizdesi 2.723 3 0.908 202182.75* 0.53
Olgiim 1.089 2 0.545 80858.25* 0.21
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.087 9 0.010 6459.75* 0.01
Yiizdesi
MPS .

500 Biiyiikligi*Olgim 0.151 6 0.025 11211.75 0.03
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.602 6 0.100 44698.50* 0.11
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.206 18 0.011 15295.50* 0.04
Yiizdesi*Ol¢iim
Hata 0.064 4752 0.000
Toplam 5.082 4799
MPS Biiyiikliigii 0.299 3 0.100 22916.90* 0.08
MPS Yiizdesi 1.702 3 0.567 130450.06* 0.48
Olgiim 0.673 2 0.337 51582.19* 0.19
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.240 9 0.027 18394.84* 0.06
Yiizdesi

1000 S e 0063 6 0.011 4828.65* 0.02
Biiyiikligi*Oleiim ' ' ' '
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.372 6 0.062 28512.00* 0.10
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.064 18 0.004 4905.29* 0.02
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.062 4752 0.000
Toplam 3.475 4799

*p<.05

63



Ortalama Hatalarm Karekokii degerlerine iliskin bagimsiz orneklemler igin {ig
faktorli  ANOVA sonuglar1 genel olarak incelendiginde; 5000 kisilik yanitlayici
orneklemi ve 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 i¢in MPS biiyiikliigii, MPS
yiizdesi, MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim sayisinmn hem temel etki, hem ikili
etkilesim hem de Uglii etkilesim etkilerinin OHKK {izerinde manidar etkisi oldugu
bulunmustur. Bunlar ¢ogunlukla diisiikk ve yiiksek etki biiyiikliiklerine sahiptir (Cohen,
1988, 5.413). Yapilan Post-Hoc test sonuglar1 da tiim faktorlerin tiim diizeyleri agisindan
fark oldugunu ortaya koymustur. Yeterlik kestirimlerine iliskin OHKK iizerinde en fazla
etkisi olan faktor; MPS yiizdesidir. Bir bagka ifade ile MPS’ye iligskin belirtilen faktorler
OHKK’y1 yani hata degerlerini ve dolayisiyla Glgme kesinligini olumsuz yonde
etkilemektedir. Bu dogrulta BOBUT uygulamalarinda MPS’1li madde bankasmin uzun
stire kullanimindan kaynakli, bazi maddelerin madde giigliik parametresinin kolay yonde
MPS gosterdigi durumda yetenek kestirimleri 6nemli diizeyde etkilenmekte ve daha
hatali sonuclar elde edilmektedir. Bu bulgu alanyazinda bazi c¢alismalarla da
desteklenmektedir (Aksu Diinya; 2017; Babcock ve Albano, 2012; Risk, 2015;). Babcock
ve Albano (2012) calismasinda MPS’li kosullarin OHKK degerlerini arttirdigini ve bu
deger lizerinde en fazla etkisi olan faktériin MPS biiyiikligii oldugunu belirtmislerdir.
Calismada bu bulgunun yaninda 6zellikle, test maddelerinin gorece kolay oldugu test
durumlarinda, zor yonde MPS go6zlemlenmesinin yetenek kestirimlerine iligkin OHKK
degerlerini daha olumsuz etkiledigi de belirtilmistir (Babcock ve Albano, 2012). Bu
calisma kapsaminda ise gorece diisiik miktarlarda OHKK degisiminin gézlenmesinin
nedeni sadece kolay yonde degisen MPS kosullarinin ele alinmis olmasindan kaynakli
olabilir.

Alanyazinda MPS’nin OHKK iizerinde istatistiksel olarak manidar etkisinin
olmadigini belirten calismalar da mevcuttur (Chen, 2013; Wells vd., 2002). Ornegin,
Chen (2013) madde bankasindaki MPS’li madde yiizdesi artikga OHKK degerleri artsa
da bu artisin diisiik miktarlarda oldugunu ve istatistiksel olarak manidar olmadigini
belirtmistir. Ancak, belirtilen ¢aligsmalarda simiile edilen 6rneklem biiyiikligli, madde
bankas1 biiylikligii ve MPS kosullar1 degiskenlik gostermektedir. Bu dogrultuda,
BOBUT uygulamalarinda madde bankasinda MPS’li madde bulunmasi yetenek
kestirimlerine iliskin OHKK degerini olumsuz yonde etkilerken hangi faktoriin bu degeri
olumsuz yonde etkiledigi ve/veya etkilemedigi, kullanllan MTK modeli, 6rneklem

biiyilikliigii, madde bankasi biiyiikliigii veya MPS kosuluna gore degiskenlik gosterebilir.
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Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarmin karsilastirildigi 6lgme
kesinligine iliskin ii¢lincii Olgiit (bagimli degisken), yeterlik kestirimlerine ait MOF
degerleridir. MOF degerlerine iligkin bulgular sekil 9.a, 9.b ve 9.c’de yer almaktadir.

Bulgularin {i¢ madde bankasi i¢in de paralellik gdstermesinden dolayi, li¢ sekile iliskin

yorumlar sekillerin ardindan toplu olarak sunulmustur.

0.5300

0.5200

0.5100

0.5000

0.4900

0.4800

0.4700

0.4600

MOF

0.4500
0.4400
0.4300
0.4200
0.4100
0.4000

0.2900
0.00 0.00 0.00

= %0 MPS  0.40810.4081 0.4081
== %5 MPS 0.40810.4081 0.4081
%10 MPS 0.40810.4081 0.4081
%20 MPS 0.40810.4081 0.4081

Sekil 9.a. Orneklem n=5000 oldugunda 200 Maddelik Banka i¢in MOF Degerleri

0.4300

0.4200

0.4100

0.4000

0.3900

0.2800

0.3700

MOF

0.2600
0.3500
0.3400
0.3300
0.3200
0.3100

0.2000
0.00 0.00 0.00

—o—%0MPS (0.31440.31440.3144
e 565 MIPS  0.2144 0.2144 0.3144
%10 MPS (0.31440.3144 0.3144
%20 MPS 0.3144 0.3144 0.3144

Sekil 9.b. Orneklem n=5000 oldugunda 500 Maddelik Banka i¢in MOF Degerleri

I

0.50 0.50 0.50
0.4081 0.4081 0.4081
0.4086 0.41340.4165
0.4129 0.42490.4377
0.4217 0.4487 0.4708

\

075 075 0.75
0.40810.4081 0.4081
0.41140.4165 0.4232
0.41950.4377 0.4373
0.43330.4757 0.4757

MPS Bilyiikl{igi

L.

0.50 0.50  0.50
0.31440.31440.3144
0.3159 0.31830.3269
0.3166 0.32900.3372
0.3228 0.3546 0.3984

£

075 075 075
0.3144 0.3144 0.3144
0.3165 0.3269 0.3305
0.3207 0.3349 0.3398
0.33770.3621 0.4189

MPS Bilyiikliigii
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=

1.00  1.00 1.00
0.4081 0.4081 0.4081
0.4134 0.42050.4234
0.42490.43720.4453
0.4487 0.47780.5272

K

1.00 100 100
0.31440.3144 0.3144
0.32450.3183 0.3251
0.32900.3398 0.3416
0.3546 0.3844 0.4189



0.4000
0.3900
0.2300
0.2700
0.3600

("8

Q 0.3500

=
0.3400
0.2300
0.2200
0.2100

0.2000
0.00 0.00  0.00

=060 MPS 0.3143 0.3143 0.3143
%5 MPS  0.3143 0.3143 0.3143
%10 MPS 0.3143 0.3143 0.3143
%20 MPS 0.3143 0.3143 0.3143

0.50 | 050 0.50
0.3143 0.2143 0.3143
0.2149 0.2176 0.3201
0.3186 0.3225 0.3350
0.3254 0.3428 0.3624

075 075 075
0.2143 0.3143 0.3143
0.2179/0.2201 0.2235
0.3197 0.3324 0.3340
0.3351 0.3624 0.3804

100  1.00 100
0.3143 0.2143 0.3143
0.2176 0.3236 0.3243
0.3225 0.3350 0.3390
0.3428 0.3817 0.3921

MPS Biiyiikliigii

Sekil 9.c. Orneklem n=5000 oldugunda 1000 Maddelik Banka icin MOF Degerleri

Sekil 9.a, 9.b ve 9.c. Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde Bankalar1
icin Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug¢ Farkli Zaman
Noktasina gére MOF Degerlerinin Karsilastirilmasina iliskin Grafikler

Maksimum Ortalama Fark degerlerine iliskin grafikler incelendiginde; 5000
kisilik yanitlayic1 6rnekleminde 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 igin MPS
miktar1 biytidiikge (0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve MPS yiizdesi arttik¢a (%0, %S5, %10, %20),
ii¢ farkli zaman noktasinda elde edilen yetenek kestirimlerine ait MOF degerlerinin artma
egiliminde oldugu goriilmektedir. MOF agisindan en yiiksek degerler MPS biiyiikliigiiniin
1.00, MPS yiizdesinin %20 oldugu ve ii¢lincii 6l¢iimiin alindig1 noktada elde edilmistir.
Gergek ve Kestirilen edilen yetenek degerleri arasindaki ortalama yanliligi ifade eden
MOF degerleri sifira ne kadar yakinsa o kadar dogru yetenek kestirimi yapildigi anlamina
gelmektedir. Bu dogrultuda, MPS miktari, MPS yiizdesi ve MPS’li madde bankas: ile
yapilan 6l¢iim sayis1 arttikca daha yanli yetenek kestirimleri elde edilmekte, dolayisiyla
Ol¢me kesinligi de diismektedir. Bu egilim madde bankasi biiylikliigii artsa da degiskenlik
gostermemektedir. MOF degerlerindeki bu degisim sadece, MPS olmadig1 i¢in temel
diizey veri seti i¢in ortaya ¢ikmamuistir.

Alanyazinda MOF ile ilgili bu bulguyu destekleyen ¢aligmalar bulunmaktadir
(Chen, 2013; Park vd., 2016; Risk, 2015; Wells vd., 2002). Bu g¢alisma kapsaminda

sadece madde gili¢liik parametresinde kolay yonde degisim olmasi durumunda MOF
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degerlerinde bir artis gozlemlenirken, Wells ve digerleri (2002) tarafindan yapilan ve
3PLM’nin kullanildigi ¢alismada, hem giigliikk hem de ayiricilik parametresinde ayni anda
MPS goriilmesi durumunda MOF degerlerinin daha ¢ok etkilendigi sonucuna ulasilmaistir.

Elde edilen bir diger bulgu, madde bankas1 biiylikligii arttikga MOF degerleri
hem temel diizey veri seti hem de MPS’li veri setleri igin azalmaktadir. Bir bagka ifade
ile madde bankasi biiyiikligli arttik¢a ortalama yanlilik degerleri agisindan daha yansiz
yetenek kestirimleri elde edilmis, dolayisiyla 6lgme kesinligi artmigtir. Bu durumun
nedeni; madde bankasi biiyiikligii arttik¢a, bireyler gercek yeteneklerine daha yakin
maddelerle karsilasmis ve bu nedenle hata miktar1 diismiis olabilir.

Yukarida verilen MOF degerleri agisindan elde edilen farklarin istatistiksel olarak
manidar olup olmadigin1 incelemek i¢in bagimsiz drneklemler i¢cin yapilan ti¢ faktorlii

ANOVA sonuglar1 Tablo 13°te verilmistir.
Tablo 13
Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS

Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére MOF

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde - Kareler Kareler . E..tki..,..
B?nlfasi N Varyansin Kaynagi Toplami sd Ortalamas F Buyul;lugu
Bityukligii (n?)
MPS Biiyiikligii 0.148 3 0.049 2704.98* 0.06
MPS Yiizdesi 1.094 3 0.365 19994.95* 0.48
Olgiim 0.389 2 0.195 7109.72* 0.17
MPS
Biiyikligi*MPS 0.089 9 0.010 1626.65* 0.04
Yiizdesi
MPS -
200 Biiyiikliigii*Olgiim 0.027 6 0.005 493.48 0.01
MPS Yiizdesi*Olgiim 0.181 6 0.030 3308.12* 0.08
MPS
Biiyiklugi*MPS 0.048 18 0.003 877.29* 0.02
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.260 4752 0.000
Toplam 2.236 4799
MPS Biiyiiklugii 0.076 3 0.025 9504.00* 0.03
MPS Yiizdesi 1.266 3 0.422 158316.63* 0.53
Olgiim 0.499 2 0.250 62401.26* 0.21
MPS
500 Biiyiikligi*MPS 0.052 9 0.006 6502.74* 0.02
Yiizdesi
MPS -
Biiyiikliigii*Olgiim 0.013 6 0.002 1625.68 0.00
MPS Yiizdesi*Olgiim 0.390 6 0.065 48770.53* 0.16

(Devam ediyor)
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Tablo 13 (Devam)

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gore MOF

Degerlerinin Karsilastiriimasi

Madde < Kareler Kareler . E..tki..,..
g?nlf"‘sl o Varyansin Kaynagi Toplam sd Ortalamas1 F Buyul;lugu
ytkIagi (%)
MPS
Biiylkligi*MPS 0.012 18 0.001 1500.63* 0.00
500 Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.038 4752 0.000
Toplam 2.346 4799
MPS Biiyiikligii 0.079 3 0.026 10146.16* 0.06
MPS Yiizdesi 0.728 3 0.243 93498.81* 0.58
Olgiim 0.205 2 0.103 26328.65* 0.16
MPS
Biiytikliigi*MPS 0.054 9 0.006 6935.35* 0.04
Yiizdesi
1000 A, 0021 6 0.004 2607.08% 001
Biiyiikliigi*Olgiim ' ' ' '
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.108 6 0.018 13870.70* 0.08
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.022 18 0.001 2825.51* 0.01
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.037 4752 0.000
Toplam 1.254 4799
*p<05

Maksimum Ortalama Fark degerlerine iliskin bagimsiz orneklemler igin iig
faktorli ANOVA sonuglar1 genel olarak incelendiginde 5000 kisilik yanitlayict
orneklemi ve 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 icin MPS biiyiikligi, MPS
yiizdesi, MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim sayisinin hem temel etki, hem ikili
etkilesim hem de ticlii etkilesim etkilerinin MOF {izerinde istatistiksel olarak manidar
etkisi oldugu goriilmiistiir. Bunlar genelde diisiik etki biiyiikliiklerine sahiptir (Cohen,
1988, s5.413). Yapilan Post-Hoc test sonuglar1 da tiim faktorlerin tiim diizeyleri agisindan
fark oldugunu ortaya koymustur. Yeterlik kestirimlerine iliskin MOF {izerinde en fazla
etkisi olan faktor; MPS yiizdesidir. Bu dogrulta BOBUT uygulamalarinda MPS’li madde
bankasmin uzun siire kullanimindan kaynakli, bazi maddelerin kolay yonde MPS
gosterdigi durumda yetenek kestirimleri 6nemli diizeyde etkilenmekte ve ortalama
yanlilik agisindan daha yanli sonuglar elde edilmektedir. Bu durum da 6lgme kesinligini
diistirmektedir. Ulasilabilen alanyazinda MOF degerleri agisindan bagimsiz 6rneklemler

icin faktoriyel ANOVA sonucu istatistiksel olarak manidar sonug elde edilen ¢alismaya
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rastlanmamistir. Sadece Han ve Guo (2011) tarafindan MPS’nin BOBUT iizerindeki
etkisinin incelendigi calismada, MPS eger %30 ve daha fazla bireyi etkiliyorsa, o zaman
MOF agisindan istatistiksel olarak manidar sonuglar elde edildigi bulgusuna ulagilmistir.
Ancak belirtilen ¢calismada MPS’nin tiim bireyleri degil, belli oranda bireyi etkiledigi
durumlar ele alinmustir.

Madde parametre sapmasi agisindan MOF degerlerinin incelendigi ¢alismalarda
orneklem biytikligi, MPS biiyikligi, MPS’li madde sayist gibi farkli faktorler
acisindan manidar sonuglar elde edilmemesinin nedeninin, MPS kosullarindan cok MTK
Olceginin MPS kosullarina dayanikliligi ve/veya simiile edilen 6rneklem ve/veya madde
bankasinin yapaylhigindan kaynakli oldugu belirtilmektedir (Risk, 2015; Wells vd., 2002).
Ornegin, Risk (2015) 500 kisilik 6rneklem biiyiikliigii, 300, 500 ve 1000 maddelik madde
bankasi biiytikligli, MPS biiytikliigiintin 0.50, 0.75, 1.00 logit biiyiikliiglinde oldugu ve
50, 75 ve 100 maddede MPS goriildiigii kosul ile calismistir. Calisma sonunda belirtilen
faktorler arasinda MPS biiyiikliigiiniin MOF degerlerini daha ¢ok degistirdigini ancak bu
degisimin istatistiksel olarak manidar olmadigi sonucuna ulagsmistir. Bu nedenle ¢alisilan
orneklem biiyiikliigii, madde bankasi biiyiikliigii, BOBUT ve MPS kosullarina gore elde
edilen bulgular farklilik gosterebilir. Bu ¢alisma kapsaminda ilgili alanyazindan MPS’yi
en fazla etkileyebilecek kosullar secildigi igin istatistiksel olarak manidar farklar elde
edildigi diistiniilmektedir.

Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarmin karsilastirildigi dordiincii
Olciit (bagimh degisken) TBF degerleridir. TBF degerlerine iliskin bulgular sekil 10.a,
10.b ve 10.c’de yer almaktadir. Bulgularin {i¢ madde bankasi i¢in de paralellik
gostermesinden dolayi, li¢ sekile iliskin yorumlar sekillerin ardindan toplu olarak

sunulmustur.
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6.3984

6.3981

6.3978

6.2975

6.2972

6.3969

6.2966
6.2963
6.2960
6.3957
6.3954
6.3951
0.00 0.00 0.00
—e— %0 MPS 6.39836.3983 6.3983
=8 %5 MPS 6.3983 6.3983 6.3983

=f==1%10 MPS 6.3983 6.3983 6.3983
%20 MPS 6.3983 6.3983 6.3983

I

7/

(/1

0.50 0.50 0.50
6.3983 6.3983/6.3983
6.3982 6.3982|6.3982
6.3974 6.3974/6.3973
6.3965 6.3964 6.3962

075 075 0.75
6.3983 6.3983 6.3983
6.3982 6.3981 6.3978
6.3973 6.3968 6.3967
6.3962 6.3962 6.3959

MPS Biiy(ikligii

1.00 1.00 100
6.3983 6.3983 6.3983
6.3978 6.39776.3975
6.3967 6.3965 6.3965
6.3955 6.39556.3954

Sekil 10.a. Orneklem n=5000 oldugunda 200 Maddelik Banka i¢in TBF Degerleri

6.3081

6.3976

©.3971

6.3966

6.3961

6.3956

6.3951

6.3946

6.3941

6.3936

6.3931

6.3926 0.00 0.00 0.00
= %0 MPS 6.39796.3979 6.3979
—— %5 MPS 6.397956.3979 6.3979
=== %10 MPS 6,39796.3979 6.3979

%20 MPS 6.2979 6.3979 6.2979

(

0.50 0.50 | 0.50
6.39796.3979/6.3979
6.39786.3972/6.3972
6.39626.3961 6.3961
6.29546.3954 6.3953

|/ ]
/]

075 0.75  0.75
6.3979 6.39796.3979
6.3970 6.3967|6.3966
6.3961 6.3961 6.3961
6.3950 6.39486.3948

MPS Biiyikligii

1.00  1.00 1.00
6.39796.3979 6.3979
6.39666.3964 6.3962
6.30616.39606.2958

©.20486.3928 6.2928

Sekil 10.b. Orneklem n=5000 oldugunda 500 Maddelik Banka i¢in TBF Degerleri
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6.3974

6.3971

6.3968

6.3965

6.3962

6.3959

Test Bilgisi

6.3956
6.3953

6.395
6.29047
6.3944
6.3941

0.00 0.00 0.00

560 MPS  6.39736.3973 6.3973
%5 MPS  6.3973/6.3973 6.3973

%10 MPS 6.3973 6.3973 6.3973
%20 MPS 6.3973 6.39736.3973

0.50 0.50 0.50
6.3973 6.3973 6.3973
6.3972 6.3970 6.3970
6.3967 6.3966 6.3966
6.3961 6.39616.3959

0.75 075 075
6.3973/6.3973 6.3973
6.3970/6.3969 6.3968
6.3966/6.3964 6.3963
6.3959 6.3958 6.3958

100 1.00 1.00
6.3973 6.3973 6.3973
6.3968 6.3968 6.3967
6.3963 6.3961 6.3961
6.3952 6.3949 6.3946

MPS Bilykligi

Sekil 10.c. Orneklem n=5000 oldugunda 1000 Maddelik Banka icin TBF Degerleri

Sekil 10.a, 10.b ve 10.c. Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde
Bankalar1 i¢in Farkli MPS Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, Ug Farkl

Zaman Noktasina gore TBF Degerlerinin Karsilastirilmasina iliskin Grafikler

Test Bilgi Fonksiyonuna iliskin degerler incelendiginde; 5000 kisilik yanitlayici
ornekleminde 200, 500 ve 1000 maddelik madde bankalar1 igin MPS miktar1 biiyiidiik¢e
(0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve MPS yiizdesi arttik¢a (%0, %5, %10, %20), li¢ farkli zaman
noktasinda elde edilen yetenek kestirimlerine ait test bilgi degerlerinin azalma egiliminde
oldugu goriilmektedir. TBF agisindan en diisiik degerler MPS biiyiikliigiintin 1.00, MPS
yiizdesinin %20 oldugu ve tiglincii Ol¢limiin alindig1 noktada elde edilmistir. TBF
degerleri standart hata ile ters orantilidir ve standart hata degeri ne kadar diisiikse, testin
verdigi bilgi miktar1 da o kadar artacaktir (Anil, 2004). Bu dogrultuda, MPS miktari, MPS
yiizdesi ve MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢lim sayis1 arttikca test bilgi fonksiyonu
bir baska deyisle testin verdigi bilgi miktar1 diismektedir. Bu egilim madde bankasi
biiyiikliigii artsa da degiskenlik gostermemektedir. TBF degerlerindeki bu degisim sadece
MPS olmadig i¢in temel diizey veri setinde ortaya ¢ikmamustir.

Alanyazinda, MPS oldugu durumda TBF degerlerinin diisiik diizeyde de olsa
degisme egiliminde oldugunu gosteren ¢alismalar mevcuttur (Chan vd., 1999; Deng ve
Melican, 2009; Guo ve Wang, 2003; 2005). Deng ve Melican (2009) BOBUT uygulamasi
olan ACCUPLACER?® testinde MPS’yi inceledikleri calismalarinda yillar igerisinde bazi

yetenek diizeylerinde testin verdigi bilgi miktarinin diistiiglinii belirtmiglerdir. Bu
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durumun nedeni incelendiginde ise maddelerin sik goriilmesi degil de miifredat degisimi
veya bagka bir sebepten kaynakli olabilecegini belirtmislerdir. Ciinkii MPS gdsteren
maddeler incelendiginde, maddelerin ¢ok sik uygulanmadigini goérmiislerdir. Guo ve
Wang (2005) da benzer sekilde MPS nin test bilgi fonksiyonunu diisiik miktarlarda da
olsa degistirdigini belirtmislerdir. Bu dogrultuda MPS’li madde bankalar1 oldugu
durumda BOBUT uygulamalarinda standart hatanin artmasina bagli olarak test bilgisinin
azaldig1 belirtilebilir.

Yukarida verilen TBF degerleri agisindan elde edilen farklarin istatistiksel olarak
manidar olup olmadigini incelemek i¢in bagimsiz 6rneklemler i¢in yapilan ti¢ faktorlii

ANOVA sonuglar1 Tablo 14°te verilmistir.

Tablo 14

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gore TBF Degerlerinin

Karsilastiriimasi
Madde 5 Kareler Kareler . E..tki..,..
B?nlfasi N Varyansin Kaynagi Toplam sd Ortalamas F Buyul;lugu
Bityukligii (n?)
MPS Biyiikliigi 0.000 3 0.000 0.00* 0.00
MPS Yiizdesi 0.032 3 0.010 38016.00* 0.45
Olgiim 0.002 2 0.001 2376.00* 0.03
MPS
Biiyiikligii*MPS 0.016 9 0.002 19008.00* 0.22
Yiizdesi
MPS
200 Biyiikliigii*Oloiim 0.007 6 0.001 8316.00 -
MPS Yiizdesi*Olgiim 0.003 6 0.000 3564.00 -
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.007 18 0.000 8316.00 -
Yiizdesi*Olgiim
Hata 0.004 4752 0.000
Toplam 0.071 4799
MPS Biiyiikliigi 0.000 3 0.000 0.00* 0.00
MPS Yiizdesi 0.002 3 0.000 2376.00* 0.01
Olgiim 0.000 2 0.000 0.00* 0.00
MPS
Biiyiikligi*MPS 0.000 9 0.000 0.00* 0.00
500 Iﬁ\(ﬂiliazsdesi
Biiyiikliigii*Olgiim 0.054 6 0.009 64152.00* 0.50
MPS Yiizdesi*Ol¢iim 0.046 6 0.008 54648.00* 0.43
MPS
Biyiikligi*MPS 0.000 18 0.000 0.00* 0.00
Yiizdesi*Olglim

(Devam ediyor)
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Tablo 14 (Devam)

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére TBF Degerlerinin

Karsilastiriimasi
Madde < Kareler Kareler . E..tki..,..
g?nlf"‘sl <. Varyansin Kaynagi Toplamu sd Ortalamast F Buyul;lugu
ytkIagi (%)

500 Hata 0.004 4752 0.000
Toplam 0.106 4799
MPS Biiyiikligii 0.000 3 0.000 0.00* 0.00
MPS Yiizdesi 0.001 3 0.000 1584.00* 0.01
Olgiim 0.022 2 0.011 34848.00* 0.20
MPS
Biiylkligi*MPS 0.067 9 0.007 106128.00* 0.63
Yiizdesi
MPS

1000 Bilyiikliigii*Olgiim 0.001 6 0.000 1584.00
MPS Yiizdesi*Olciim 0.003 6 0.001 4752.00
MPS
Biiyiikliigi*MPS 0.010 18 0.000 15840.00
Yiizdesi*Olciim
Hata 0.003 4752 0.000
Toplam 0.106 4799

*p<.05

Test Bilgi Fonksiyonu degerlerine iliskin bagimsiz 6rneklemler i¢in ti¢ faktorli
ANOVA sonuglar1 genel olarak incelendiginde 5000 kisilik yanitlayici 6rneklemi, 500
maddelik madde bankasi i¢in MPS biiytlikliigii, MPS yiizdesi, MPS’li madde bankas ile
yapilan Ol¢iim sayismin hem temel etki, hem ikili etkilesim hem de iigli etkilesim
etkilerinin TBF iizerinde istatistiksel olarak manidar etkisi oldugu goriilse de bu etkiler
genel olarak diisiik diizeydedir (Cohen, 1988, s.413). 5000 kisi, 200 ve 1000 maddelik
madde bankalar1 i¢in de MPS biiyiikliigii, MPS yiizdesi, 6l¢ciim ve MPS biiyiikligii*MPS
yiizdesi seklinde iki faktoriin etkilesim etkisinin TBF tizerinde istatistiksel olarak manidar
etkisi oldugu goriilmektedir (Cohen, 1988, s.413). Yapilan Post-Hoc test sonuglar1 da
anlamli fark cikan tiim faktorlerin tiim diizeyleri acisindan fark oldugunu ortaya
koymustur. Bu dogrulta BOBUT uygulamalarinda MPS’li madde bankasmin uzun siire
kullanimindan kaynakli, bazi maddelerin kolay yonde MPS gosterdigi durumda 6zellikle
MPS biiytikligli, MPS yiizdesi, 6l¢iim ve MPS biiyiikliigii*MPS yiizdesi faktorlerinin
TBF degerlerini 6nemli diizeyde etkiledigi belirtilebilir. Bir bagska deyisle MPS’li madde
bankasi testin verdigi bilgi miktarini diisiirmektedir. Chan ve digerleri (1999) tarafindan
ASVAB’n psikometrik tutarliliginin incelendigi ¢caligmada da 200 maddeden yaklagik

73



%]10’unun MPS gosterdigi durumda TBF degerlerinin istatistiksel olarak manidar
diizeyde etkilendigi bulunmustur.

Alanyazinda MPS’nin TBF iizerinde istatistiksel olarak manidar etkisinin
olmadigin1 gosteren ¢alismalar da mevcuttur (Deng ve Melican, 2009; Guo ve Wang,
2003; 2005). Guo ve Wang (2003) gergek ve simiilatif verilerden iki zaman noktasinda
Ol¢tim aldiklar1 ¢aligmalarinda test karakteristik egrileri bakimindan ¢ok diisiik miktarda
farklar elde edilmis olup bu farklarin pratik anlamda etkisinin 6nemli olmadigini
belirtilmiglerdir. Ancak ¢alisma kapsaminda hem iki zaman noktasi i¢in 6l¢iim alinmis
hem de smava katilan 169.111 kisi arasindan rastgele on tane 1000 kisilik 6rneklem
cekerek, bu on replikasyon lizerinden ¢alismislardir. Caligmanin sonunda da en az 100
replikasyon iizerinden sonucglarin degerlendirilmesi gerektigini belirtmislerdir. Benzer
sekilde Guo ve Wang (2005) GMAT® sinavinda iki zaman noktasinda cesitli simiilasyon
kosullar1 ile MPS’yi inceledikleri ¢caligmalarinda da TBF acisindan istatistiksel olarak
manidar fark elde etmemislerdir. Ancak MPS’nin etkisinin net bir sekilde
gbzlemlenebilmesi i¢in ikiden fazla zaman noktasina ihtiya¢ vardir (Babcock ve Albano,
2012; Chan vd., 1999). Belirtilen ¢aligmalarda iki zaman noktasi igin 6l¢iim alinmigken,
bu ¢alisma kapsaminda da {i¢c zaman noktasi i¢in 6l¢iim alimmistir. Dolayisiyla belirtilen
calismalarda manidar fark ¢ikmamasinin nedeni iki noktada Ol¢iim alinmis olmasindan
kaynaklanmis olabilir.

Arastirmada ele alinan bagimsiz degisken kosullarinin karsilastirildigi son olgiit
(bagimli degisken), test etkililigine iliskin degerleridir. Buna iliskin bulgular, Tablo 15’te

Ozetlenmistir.

Tablo 15

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkli Biiyiikliikteki Madde Bankalar: igin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkli MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére Test Etkililigi

Degerleri
Madde Ortalama .
Bankasi BﬁMlelsﬁ“ﬁ YuMzZii Olgiim Test Mgddillignmgg?g?a S
Biiyiikliigii yuriug Uzunlugu e
1. 23.52 0.2018 0.3115
0.00 %0 2. 23.52 0.2018 0.3115
§ 3. 23.52 0.2018 0.3115
1. 23.52 0.2056 0.3124
0,
0.50 %5 2. 23.54 0.2056 0.3146

(Devam ediyor)
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Tablo 15 (Devam)

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkly MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére Test Etkililigi

Degerleri
Madde Ortalama .
Bankasi Pl e OlimTest M e X
Biiyiikliigii Uzunlugu
%5 3. 23.56 0.2058 0.3162
1. 23.54 0.2058 0.3172
%10 2. 23.58 0.2059 0.3187
0.50 3. 23.65 0.2059 0.3190
1. 23.57 0.2060 0.3192
%20 2. 23.70 0.2060 0.3192
3. 23.80 0.2060 0.3193
1. 23.53 0.2060 0.3236
%5 2. 23.56 0.2060 0.3246
3. 23.60 0.2060 0.3282
1. 23.56 0.2060 0.5402
0.75 %10 2. 23.65 0.2060 0.5415
S 3. 23.69 0.2060 0.5424
1. 23.63 0.2060 0.5439
%20 2. 23.80 0.2060 0.5467
3. 23.81 0.2060 0.5468
1. 23.54 0.2060 0.5521
%5 2. 23.59 0.2060 0.5525
3. 23.63 0.2060 0.5533
1. 23.58 0.2060 0.5595
1.00 %10 2. 23.66 0.2060 0.5598
3. 23.68 0.2061 0.5625
1. 23.70 0.2061 0.5667
%20 2. 23.84 0.2062 0.5738
3. 23.98 0.2064 0.5856
1. 23.41 0.0825 0.2353
0.00 %0 2. 23.41 0.0825 0.2353
3. 23.41 0.0825 0.2353
1. 23.43 0.0826 0.2873
%5 2. 23.43 0.0826 0.2883
S 3. 23.44 0.0826 0.2888
1. 23.44 0.0827 0.2889
0.50 %10 2. 23.45 0.0827 0.2896
3. 23.45 0.0827 0.2900
1. 23.45 0.0827 0.2903
%20 2. 23.46 0.0826 0.2922
3. 23.47 0.0826 0.2925
1. 23.47 0.0827 0.2925
0.75 %5 2 23.50 0.0827 0.2925

(Devam ediyor)

75



Tablo 15 (Devam)

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkly MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére Test Etkililigi

Degerleri
Madde Ortalama .
Bunkasi R e OlsimTest O e X
Bityiikliigii Uzunlugu
%5 3. 23.50 0.0827 0.2933
1. 23.51 0.0827 0.2937
%10 2. 23.51 0.0827 0.2941
0.75 3. 23.52 0.0827 0.2942
1. 23.53 0.0827 0.3003
%20 2. 23.53 0.0827 0.3016
3. 23.55 0.0827 0.3082
S 1. 23.55 0.0827 0.3082
Lo %5 2. 23.57 0.0827 0.3108
3. 23.57 0.0827 0.3108
1. 23.58 0.0827 0.3260
1.00 %10 2. 23.70 0.0827 0.3260
3. 23.71 0.0827 0.3290
1. 23.71 0.0827 0.3290
%20 2. 23.81 0.0827 0.3303
3. 23.83 0.0827 0.3303
1. 23.40 0.0405 0.7318
0.00 %0 2. 23.40 0.0405 0.7318
3. 23.40 0.0405 0.7318
1. 23.41 0.0412 0.7429
%5 2. 23.41 0.0413 0.7429
3. 23.42 0.0413 0.7442
1. 23.43 0.0413 0.7460
0.50 %10 2. 23.44 0.0413 0.7463
3. 23.44 0.0413 0.7463
1. 23.45 0.0413 0.7466
§ %20 2. 23.45 0.0413 0.7468
- 3. 23.45 0.0413 0.7468
1. 23.46 0.0413 0.7469
%5 2. 23.46 0.0413 0.7473
3. 23.47 0.0413 0.7474
1. 23.47 0.0413 0.7474
0.75 %10 2. 23.48 0.0414 0.7474
3. 23.48 0.0414 0.7474
1. 23.51 0.0414 0.7475
%20 2. 23.51 0.0414 0.7476
3. 23.52 0.0414 0.7485
1. 23.53 0.0414 0.7485
1.00 %5 2. 23.54 0.0414 0.7486
3. 23.54 0.0414 0.7486

(Devam ediyor)
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Tablo 15 (Devam)

Orneklem n=5000 Oldugunda, Farkl Biiyiikliikteki Madde Bankalar: icin Farkli MPS
Biiyiikliigii ve Farkly MPS Yiizde Degerlerinde, U¢ Farkli Zamana gére Test Etkililigi

Degerleri

]'\B/Iaffaesl MPS MPS Oleiim Or:nlf::g{n & Maddelerin Ortalama X2
Biyiikligli  Yiizdesi ¢ Uygulanma Orant1

Biiyiikliigii Uzunlugu
1. 23.55 0.0414 0.7489
%10 2. 23.65 0.0414 0.7490
§ 1.00 3. 23.65 0.0414 0.7499
= 1. 23.75 0.0414 0.7507
%20 2. 23.76 0.0414 0.7538
3. 23.76 0.0414 0.7549

Tablo 15 incelendiginde; 5000 kisilik yanitlayic1 6rnekleminde 200, 500 ve 1000
maddelik madde bankalar1 i¢in MPS miktar1 biiyiidiik¢e (0.00, 0.50, 0.75, 1.00) ve MPS
yiizdesi arttikga (%0, %5, %10, %20), ii¢ farkli zaman noktasinda elde edilen yetenek
kestirimlerine ait ortalama test uzunlugu, maddelerin ortalama uygulanma oranlar: ve X?
degerlerinin ¢ok diisiik miktarlarda da olsa artma egiliminde oldugu goriilmektedir. X?ve
ortalama test uzunluguna iliskin egilim madde bankas1 biiyiikligii arttikga degismemistir.
Ancak madde bankasi biiyiikliigii arttitkca maddelerin ortalama uygulanma orani
azalmistir. Test etkililigi degerlerindeki bu degisim sadece MPS olmadig: i¢in temel
diizey veri seti i¢in ortaya ¢ikmamustir. Bu dogrultuda test etkililigine iliskin olarak MPS
miktari, MPS biiyiikliigii ve MPS’1li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim sayisi arttik¢a daha
az etkili testler elde edildigi belirtilebilir. Benzer bulguya alanyazinda yapilan bazi
calismalarda da rastlanmaktadir (Bergstrom ve Stahl, 1992; Lunz ve Stahl; 1993).

Risk (2015) tarafindan yapilan ¢alismada, bu ¢alismada elde edilen bulguya zit
olarak MPS’li kosullar altinda daha etkili testler elde edildigi goriilmiistiir. Simiilasyon
calismast olarak yiiriitiilen bu ¢aligmada, bu durumun nedeni olarak da maddelerin,
ornekleme uygun olmamasi ihtimali lizerinde durulmustur. BOBUT’ ta 6nemli olan
faktorlerden biri maddelerin goriilme sikligidir. Maddelerin goriilme sikligmin diisiik
olmasi i¢in minimum madde bankasi biiytlikliiglintin 200-300 civarinda olmasi1 gerektigi
belirtilmektedir (Lunz ve Stahl; 1993). Bu ¢alisma kapsaminda da test etkililigi agisindan
diisiik diizeyde farkliliklar elde edilmesinin nedeni minimum 200 maddelik madde

bankasi ile ¢alisilmis olmasi olabilir.
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Elde edilen bulgular 6l¢gme kesinligi agisindan genel olarak degerlendirildiginde
beklenen yonde sonuglar elde edilmistir. Bir diger ifadeyle MPS biiyiikLigii, MPS yiizdesi
ve MPS’li madde bankasi ile yapilan 6lgliim sayist arttikga 6lgme kesinligi azalmigtir
ciinkii madde bankasinda MPS’li maddeler oldugu icin yetenek kestirimlerinden
sapmalar meydana gelmistir. Madde bankasina iliskin MPS kosullar1 arttik¢a yanlilik
degerleri negatif yonde, OHKK ve MOF degerleri de pozitif yonde artmistir. Temel diizey
veri seti ile karsilastirildiginda yanlilik, OHKK ve MOF agisindan en yiiksek degerler
Olciimiin liclincli noktasinda, MPS biiytikliigiiniin 1.00 ve MPS’li madde yiizdesinin %20
oldugu durumda elde edilmistir. Bir baska ifade ile MPS’li kosullarin en yiiksek oldugu
durumda, 6lgme kesinligi en diisiik degerini almistir. Yapilan bagimsiz 6rneklemler i¢in
ti¢ faktorlit ANOV A analizi de 6lgme kesinligine iliskin bu faktorler agisindan ¢gogunlukla
istatistiksel olarak manidar sonuclar elde edildigini ve 6l¢me kesinligini en ¢ok etkileyen
faktoriin madde bankasindaki MPS’li madde sayisi oldugunu gostermistir.

Alanyazinda MPS’nin BOBUT uygulamalarinda 6lgme kesinligi iizerindeki
etkisini arastiran arastirma bulgulariyla da tutarh olarak (Abad vd., 2010; Aksu Diinya,
2017; Babcock ve Albano, 2012; Chan vd., 1999; McCoy, 2009; Risk, 2015; Wells vd.,
2002) MPS biiyiikligiiniin artmas1 6lgme kesinligini azaltmistir. MPS kosullarinin
degismesi 6lgme kesinligini etkilerken, orneklem biiyiikliigliniin artmasi durumunda
yanlilik, OHKK ve MOF degerlerinde artan veya azalan yonde bir Oriintii gozlenmemis
ancak MPS kosullarmna iliskin egilim, bu faktorleri her iki 6rneklem biiyiikliiglinde de
benzer sekilde etkilemistir. Madde bankasi biiytlikliigl i¢in de, madde bankasi biiylikligii
arttikca yanlilik degerleri acisindan herhangi bir egilim gézlenmezken 1000 kisilik
orneklemde OHKK nin temel diizey veri seti agisindan, 5000 kisilik 6rneklemde de MOF
ve OHKK’nin hem temel diizey hem de MPS’li veri setleri agisindan madde bankasi
biytikliigli arttikca OHKK ve MOF degerlerinin azaldig1 goriilmiistiir. Bu durumun
nedeni olarak da madde bankas: biiyikligi arttkca MPS kosullarinin, yetenek
kestirimlerine iligkin hata ve ortalama yanlilik degerlerini daha az etkiledigi seklinde
diistiniilmiistiir.

Calisma kapsaminda 6lgme kesinligini en fazla etkileyen faktoriin MPS yiizdesi
oldugu goriilmiistiir. Alanyazinda 6lgme kesinligi tizerinde en fazla etkisi olan faktoriin
MPS yiizdesi oldugunu belirten ¢aligmalar olmakla birlikte (Babcock ve Albano, 2012),
MPS biiyiikligii (Risk, 2015); 6rneklem biyiikligi ve MPS yiizdesinin birlikte (Wells
vd., 2002) etkisinin oldugunu belirten calismalar mevcuttur. Ornegin, Risk (2015)

calismasida Rasch model kullanarak farkli MPS kosullarmin 6l¢gme kesinligi izerindeki
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etkisini incelemis ve 6lgme kesinligini en fazla etkileyen faktoriin madde bankasindaki
MPS’li madde sayisindan ¢ok MPS biiyilikliigii oldugunu ancak bu etkinin manidar
olmadigin1 belirtmistir. Benzer sekilde Wells ve digerleri (2002) de 2PLM ile MPS’nin
yetenek kestirimlerine etkisini inceledikleri ¢aligmalarinda, yetenek kestirimlerini en
fazla etkileyen faktoriin 6rneklem biiyiikligii ve MPS yiizdesi oldugunu belirtmislerdir.
Ancak, belirtilen calismalarda simiile edilen 6rneklem biiyiikliigli, madde bankas1
biyiikligii, MPS kosullar1 ve kullanilan MTK modeli degiskenlik gostermektedir. Bu
dogrultuda, BOBUT uygulamalarinda madde bankasinda MPS’li madde bulunmasi
Olgme kesinligini olumsuz yonde etkilerken hangi faktoriin bu degeri olumsuz yonde
etkiledigi, kullanilan MTK modeli, 6rneklem biiytlikliigii, madde bankas1 biiyiikligii veya
MPS kosuluna gore degiskenlik gosterebilir.

Calismada 6l¢me kesinliginin yanlilik faktorii agisindan beklenenin aksi yonde bir
bulgu elde edilmistir. Yanlilik degerleri MPS kosullar1 arttikca negatif yonde artmistir.
Ancak, madde bankasindaki bir kistm maddenin kolay yonde MPS gdstermesinden
dolayi, bireylerin kestirilen yetenek degerlerinin, gercek yeteneklerinden yiiksek olmasi
bir baska deyisle yanhlik degerlerinin pozitif yonde artmis olmasi beklenirdi. Benzer
bulguya Aksu Diinya (2017), Guo ve Wang (2003) ve Risk (2015) tarafindan yapilan
calismada da rastlanmaktadir. Bu bulgunun bir nedeni BOBUT uygulamasinda diisiik
veya yliksek yetenek diizeyindeki hangi bireylerin hangi maddelerle karsilastig ile ilgili
bir durum olabilir. Ornegin, yeteneklerine uygun maddelerle karsilasmasma ragmen
bunlar1 yanlis yanitlamissa, Kestirilen yetenek degerleri diisiik ¢ikacaktir. Bu durumun bir
diger nedeni de BOBUT kapsaminda ele alinan madde se¢im yontemi olabilir. Bu ¢aligma
kapsaminda BOBUT kosullarina iliskin madde se¢im yontemi olarak Kullback-Leibler
yontemi se¢ilmistir. Segilen bu yontem de bireylerin karsilasabilecekleri maddeleri
etkileyen bir faktor olabilmektedir. Dolayisiyla madde se¢im ydntemi de yanlilik
degerlerinin negatif yonde artmasinin bir diger nedeni olabilir.

Test bilgi fonksiyonu agisindan bulgular degerlendirildiginde, BOBUT
uygulamalarinda madde bankasinda yer alan MPS’li madde sayisi, MPS biyiikliigii ve
MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim sayis1 arttikga testin verdigi bilgi miktarmin
nispeten azaldigi goriilmiistiir. Tiim kosullar icin en yiiksek TBF degeri, MPS’nin
olmadig1 temel diizey veri seti i¢in, en diisik TBF degerleri de Ol¢limiin iiglincli
noktasinda, MPS biiylikliigliniin 1.00 ve MPS’li madde yiizdesinin %20 oldugu durumda
elde edilmistir. Olgiim sayis1 ve MPS’ye iliskin kosullar arttikga, testin verdigi bilgi
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miktar1 azalmig ancak 6rneklem biiyiikliigli ve madde bankas1 biiyiikligi degistikce TBF
degerlerinde artan veya azalan yonde bir egilim gézlenmemistir.

Orneklem biiyiikliigii ve madde bankas1 biiyiikliigii TBF’yi etkilemezken, 6lciim
sayist ve MPS kosullarinin TBF’yi etkiledigi belirtilebilir. Elde edilen TBF degerlerinin
istatistiksel manidarlig1 incelendiginde de genelde faktorlerin temel diizey ve MPS
blylikliigi*MPS ylizdesi faktorleri icin istatistiksel olarak manidar sonuglar elde
edilmistir. Alanyazinda MPS’nin TBF iizerindeki etkisinin incelendigi ¢aligmalarda, bu
bulguyu destekleyenler olmakla birlikte (Chan vd., 1999), istatistiksel olarak manidar
fark elde edilmeyen ¢alismalar da mevcuttur (Deng ve Melican, 2009; Guo ve Wang,
2002). Chan ve digerleri (1999) tarafindan yapilan ASVAB’1n psikometrik tutarliliginin
incelendigi ¢alismada bes zaman noktasinda inceleme yapilmis ve test karakteristik
egrileri karsilastirilmistir. Karsilastirma sonucu karakteristik egrileri arasindaki farkin
cok diisiik miktarda ve istatistiksel olarak manidar oldugu, ancak pratik anlamda bu
farklarin diistik diizeyde etkisinin oldugu belirtilmistir. Guo ve Wang (2003) tarafindan
yapilan, ger¢ek ve simiilatif verilerin kullanilarak 6l¢ek sapmasinin BOBUT a etkisinin
arastirildigl calismada da test karakteristik egrileri karsilastirilmistir. Ancak iki zaman
noktasinda 6l¢iim alinmasindan dolayr TBF agisindan c¢ok diisiik farklar elde edildigi ve
bu farklarin manidar olmadigi belirtilmistir.

Test etkililigine iliskin degerler genel olarak degerlendirildiginde BOBUT
uygulamalarinda MPS biiyiikliigii, MPS yiizdesi ve MPS’li madde bankasi ile yapilan
olciim sayis1 arttikga ortalama test uzunlugu, maddelerin ortalama uygulanma orani ve X?
degerlerinin ¢ok kii¢iik miktarlarda arttig1 goriilmektedir. Tiim kosullar i¢in ortalama test
uzunlugu optimum 23.00 olarak elde edilmistir. Tiim kosullar i¢in maddelerin ortalama
uygulanma orani incelendiginde ise 6rneklem biiyiikliigliniin arttig1 durumda herhangi bir
oriintii elde edilmezken, madde bankasi1 biiyiikliigii arttikca maddelerin ortalama
uygulanma oranlarinim diistiigii goriilmektedir. X? degerlerinde ise drneklem biiyiikliigii
ve madde bankasi biiyiikliigii arttikga herhangi bir artis ya da azalis gézlemlenmese de
MPS kosullar: arttik¢a gdzlenen ve beklenen madde kullanim sikli1 arasindaki farkin
arttig1 goriilmektedir. Bu dogrultuda, MPS yiizdesi, MPS biiyiikliigli ve yapilan 6l¢iim
sayisi arttikga, madde bankasindaki maddelerin daha az etkili bir sekilde kullanildig: bir
diger ifadeyle maddelerin dengeli bir sekilde kullanilmadig: belirtilebilir.

Bu c¢aligma kapsamindaki kosullar altinda MPS miktari, MPS biiyiikligii ve
MPS’li madde bankasi ile yapilan dlglim sayisi arttikga daha az etkili testler elde edilse
de aradaki farklar ¢ok diisiik diizeydedir. MPS kosullar1 arttik¢a 6lgme kesinligi ve test
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bilgisinin azalmasina paralel olarak daha az etkili testler elde edilmistir. Benzer bulguya
alanyazinda yapilan bazi ¢aligsmalarda da rastlanmaktadir (Bergstrom ve Stahl, 1992;
Lunz ve Stahl; 1993). BOBUT ta MPS’yi etkileyen 6nemli faktorlerden biri maddelerin
gorilme sikligidir. Bu dogrultuda etkili testler elde etmede minimum madde bankasi
biyiikligiiniin 200-300 olmasi gerektigi belirtilmektedir (Lunz ve Stahl; 1993). Bu
calisma kapsaminda da test etkililigi degerleri agisindan ¢ok diistik diizeyde farkliliklar
elde edilmesinin nedeni minimum 200 maddelik madde bankasi ile ¢alismasi olabilir.
Risk’in (2015) ¢aligmasinda ise bu bulgunun aksi yonde, MPS’li maddelerin oldugu
kosullarda daha etkili testler elde edildigi goriilmiistiir. Beklenenin aksi yonde sonug elde
edilmesinin nedeni olarak da simiile edilen kosullardan madde bankasindaki maddelerin,
ornekleme uygun olmamasi olarak belirtilmistir.

Ozetle, bu arastirma kapsaminda calisilan kosullar altinda 6lgme kesinligi, TBF
ve test etkililigi degerlerinin MPS’den olumsuz yonde etkilendigi goriilmiistiir. Babcock
ve Albano (2012), Rasch model kullanildig1 durumda BOBUT un, MPS’nin etkisine bir
miktar dayanikli oldugunu belirtse de MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim sayisi
arttikca madde ve birey parametrelerine iliskin kestirimlerden sapmalar gézlemlenmistir.
BOBUT uygulamalarinda Rasch modelin MPS’ye dayanikli oldugu belirtilse de bu
calismanin bulgusuna da paralel olarak, en ¢gok MPS ylizdesinin yetenek kestirimlerini ve
Rasch 6lgeginin siirekliligini etkiledigini belirtilmektedir (Babcock ve Albano, 2012;
Wells vd., 2002).

Bu noktada, kullanilan MTK modeli ve BOBUT uygulamalarinin avantajlarindan
once, madde bankasina iliskin test gelistirme ve gézden gecirme siireglerinin 6nemini bir
kez daha vurgulamak gerekir. Ciinkii madde bankasinda kaliteli maddeler oldugu
dogrultuda kullanilan modeller veya tercih edilen uygulamalar (BOBUT, kagit-kalem
gibi) dogru sonuclar verecektir. Test gelistirme ve gdzden gegirme siireci dinamik bir
stirectir ve Ozellikle onemli kararlarin alindigi uygulamalarda -MPS’nin yetenek
kestirimlerini etkiledigini g6z 6niinde bulundurarak- madde bankalarma iliskin siirekli

kontroller ve giincellemeler yapilmasi gerekmektedir.
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BOLUM 4

SONUCLAR VE ONERILER

Bu boliimde arastirmadan elde edilen bulgulara yonelik sonuglara ve 6nerilere yer

verilmistir.

Sonuclar

Orneklem biiyiikliigiiniin 1000 ve 5000 oldugu BOBUT uygulamalarinda;

1. Madde bankasi biiyiikligiiniin 200, 500 ve 1000 oldugu durumda, madde bankasina
iligkin MPS biiyiikligii, MPS yiizdesi arttik¢a ve MPS’li madde bankasi ile yapilan
Olgtim sayisi arttikga yanlhilik degerleri negatif yonde; OHKK ve MOF degerleri de
pozitif yonde artmaktadir. Bu dogrultuda madde bankasinda MPS’1i maddeler oldugu
durumda daha yanli ve daha hatali sonuglar elde edilmektedir. Bir baska ifade ile

madde bankasinda MPS’li madde olmasi durumunda 6lgme kesinligi diismektedir.

2. Madde bankas: biiyiikliigiiniin 200, 500 ve 1000 oldugu durumda 6lgme kesinligine
iliskin olarak en iyi sonuglar MPS’nin olmadigi temel diizey veri seti igin elde
edilmisken, gegerlik ve giivenirlik agisindan istenmeyen degerler MPS biiyiik[iigiiniin
1.00 logit, MPS yiizdesinin %20 oldugu ve liclincii 6l¢limiin alindig1 noktada elde
edilmistir. Bir bagka deyisle MPS’1li maddelerin olmadig1 durumda 6l¢me kesinligi en
yiiksek iken, madde havuzundaki MPS’li madde sayisi, MPS biiyiikligii arttik¢a ve

MPS’li madde bankasi uzun siire kullanildik¢a 6lcme kesinligi azalmaktadir.

3. Madde bankasi biiyiikligiiniin 200, 500 ve 1000 oldugu durumda 6lgme kesinligini
en ¢ok etkileyen faktor, madde bankasindaki MPS’li madde sayisidir. Bir bagka ifade
ile MPS biiytikliigli ve yapilan 6l¢iim sayisindan ¢ok madde bankasmdaki MPS’li

madde sayisinin fazla olmasi 6l¢gme kesinligini diistirmektedir.
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Madde bankasi biiytikliigiiniin 200, 500 ve 1000 oldugu durumda, madde bankasina
iliskin MPS biiyiikligii, MPS yiizdesi ve MPS’li madde bankas1 ile yapilan dl¢iim
sayist arttik¢a, Olgmenin standart hatasi arttigindan testin verdigi bilgi miktar1
azalmaktadir. Bir baska deyisle madde bankasinda MPS’li maddelerin olmasi, test
bilgi fonksiyonunu diisiirmektedir.

Madde bankas1 biiyiikligiiniin 200, 500 ve 1000 oldugu durumda en yiiksek test bilgi
degeri MPS’nin olmadig: temel diizey veri seti i¢in elde edilmisken, en diisiik test
bilgi degeri MPS biiyiikligiiniin 1.00 logit, MPS yiizdesinin %20 oldugu ve tigiincii
Olciimiin alindig1 noktada elde edilmistir. Bir baska deyisle MPS’li maddelerin
olmadig1 durumda test bilgisi en yiiksek iken, madde havuzundaki MPS’li madde
sayisi, MPS biiytikliigli arttikca ve MPS’li madde bankasi uzun siire kullanildik¢a

testin verdigi bilgi miktar1 azalmaktadir.

Madde bankasi biyiikliigiiniin 200, 500 ve 1000 oldugu durumda TBF degerini en
cok etkileyen faktor, madde bankasindaki MPS’li madde sayisidir. Bir baska ifade ile
MPS biiyiikliigii ve yapilan 6l¢iim sayisindan ¢ok madde bankasindaki MPS’li madde

sayisinin fazla olmasi test bilgisini diisiirmektedir.

Madde bankas: biiytikliigiiniin 200, 500 ve 1000 oldugu durumda, madde bankasina
iliskin MPS biiyiikligii, MPS yilizdesi ve MPS’li madde bankasi ile yapilan 6l¢iim
sayis1 arttik¢a ortalama test uzunlugu ve gozlenen ve beklenen madde kullanim siklig1
degerleri artmaktadir. Bu dogrultuda test etkililigi azalmaktadir. Bir bagka deyisle
madde bankasinda MPS’li madde olmasi durumunda daha az etkili testler elde

edilmektedir.

1000 ve 5000 kisilik yanitlayici 6rnekleminde madde bankasi biiyiikliigiiniin 200, 500
ve 1000 oldugu durumda, hem temel diizey veri seti hem de MPS’li veri setleri i¢in
test etkililiginin gostergesi olarak, test uzunlugu ag¢isindan uygulanan optimum madde

sayis1 23 tir.

Madde bankasina iliskin MPS biiytikliigi, MPS yiizdesi ve MPS’li madde bankas: ile
yapilan 6l¢lim sayis1 arttikga maddelerin ortalama uygulanma orani artmakta, madde
bankasi biiytikliigii arttikca da, maddelerin ortalama uygulanma orani azalmaktadir.

Bu dogrultuda ayn1 madde bankasi igerisinde MPS kosullar1 arttikga test etkililigi
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azalsa da, madde bankas biiyiidilk¢e maddelerin MPS gésterme olasiligi azalmakta
dolayisiyla da MPS’nin maddelerin ortalama uygulanma orani iizerindeki etkisi

azalmaktadur.

10. Madde bankasi biiyiikligiiniin 200, 500 ve 1000 oldugu durumda en etkili testler
MPS’nin olmadig1 temel diizey veri seti i¢in elde edilmisken, MPS biiyiikliigiiniin
1.00 logit, MPS yiizdesinin %20 oldugu ve iiglincli 6l¢glimiin alindig1 noktada test
etkililigi azalmistir. Bir baska deyisle MPS’li maddelerin olmadigi durumda test
etkililigi en yiiksek iken, madde havuzundaki MPS’1li madde sayisi, MPS biiytikligi
arttikca ve MPS’li madde bankasi uzun siire kullanildik¢a, maddelerin kullanimi

acgisindan daha az etkili testler elde edilmektedir.

Oneriler

Arastirmadan elde edilen bulgular ve sonuglar dogrultusunda uygulayicilar ve

arastirmacilara yonelik 6neriler asagida sunulmustur.

Uygulayicilara Yonelik Oneriler

1. Calisma kapsaminda BOBUT uygulamalarinda c¢alisilan tiim MPS kosullarinin
yetenek kestirimlerinin yanliligini artirdigi, kestirimlerin giivenilirligini diistirdigii
bulunmustur. Ancak bu kosullar icerisinde yetenek kestirimlerini en ¢ok etkileyen
faktoriin madde bankasinda yer alan MPS’li madde sayist oldugu belirlenmistir.
MPS’li madde sayis1 arttikga, hem 6lgme kesinligi hem testin verdigi bilgi miktari
hem de test etkililigi azalmistir. Bu nedenle 6zellikle 6nemli kararlarin alindig: test
uygulamalar1 yapan kuruluglar, madde bankalarina iligkin madde bankas1 biiyiikligii,
test uygulamalarinda bir maddenin kag¢ kere kullanildigi, birden ¢ok kullanilan
maddelerin madde parametrelerinde degisim olup olmadigi gibi durumlara iliskin
kontrolleri belirli araliklarla yaparak, MPS’li madde sayisinin artmasmin Oniine

gegmeleri Onerilebilir.

2. Bir madde havuzunda belirli maddelerde MPS olmasi, 6l¢iilmek istenen davranisa
farkli durumlarin karigmasi anlamina gelir. Bu durum 6lgmelere hata karigmasina

neden olarak giivenirligi ve gegerligi diisiiriir. Dolayisiyla MPS’nin varlig1 6lgme
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kesinligi, test bilgi fonksiyonu ve test etkililigini olumsuz yonde etkileyen bir
unsurdur. Bu nedenle test uygulayan kuruluslara, belirli araliklarla madde
bankasindanki maddeleri MPS’nin bu olumsuz etkilerine kars1 yenilemeleri

Onerilebilir.

Arastirmacilara Yonelik Oneriler

1. Buarastirmada MPS’nin 6l¢gme kesinligi, test bilgisi ve test etkililigi tizerindeki etkisi
simiilatif veriler iizerinden incelenmistir. MPS’nin bu faktorler iizerindeki etkisi
onemli kararlara dayanarak alinan ve yillar i¢inde ayni/benzer sorularin soruldugu

genis Olcekli test uygulamalar i¢in arastirilabilir.

2. Bu arastirmadan elde edilen bulgular 1000 ve 5000 kisilik 6rneklemler ile smirlidir.
Calisma kapsaminda 1000 kisilik 6rneklem biiyiikligii diisiik 6rneklem biiytikligi
olarak ele alinsa da bazi lisans ve/veya sertifika verilen programlar i¢in 500 kisilik
orneklem biiyiikliigii de ideal olarak ele alinmaktadir (Kim, Barton ve Choi, 2010).
Dolayisiyla, MPS’nin etkileri 1000°den kiigiik Orneklem biiyiikligi igin

arastirilabilir.

3. Bu caligsma kapsaminda 1000 ve 5000 kisilik 6rneklem biiytikliikleri normal dagilima
gore simiile edilmistir. Ancak sertifika verilen sinavlar gibi baz1 sinavlarda ve egitim
alaninda, normal dagilima uymayan veya u¢ degerlerin oldugu kosullarla da siklikla
karsilagilmaktadir. Dolayisiyla, ¢arpik dagilim oldugu kosulda MPS’nin 6lgme

kesinligi, test bilgisi ve test etkililigi tizerindeki etkisi arastirilabilir.

4. Bu arastirma Rasch model ile smirhidir. 1PLM, 2PLM, 3PLM vb. gibi farklh MTK
modelleri kullanilarak MPS’nin 6lgme kesinligi, test bilgisi ve test etkililigi

iizerindeki etkisi arastirilabilir.

5. Arastrmada MPS biiyiikligii olarak 0.50, 0.75, 1.00; MPS gdsteren madde ylizdesi
%5, %10, %20 ve MPS’nin kolay yonde degisim gdsterdigi durum ele alinmustir.
Farkl biiyiikliik ve yiizdelerde, farkli yonlerde (zor veya her iki yonde) MPS’nin
oldugu durumlarin 6lgme kesinligi, test bilgisi ve test etkililigi lizerindeki etkisi

arastirilabilir.
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6. BOBUT baglamida yetenek kestirim yontemi olarak beklenen sonsal dagilim,
baslama kurali olarak 6n testten aldiklar1 puanlara gore onsel 6 dagilimlari, madde
se¢im yontemi olarak Kullbak-Leibler ve durdurma kurali olarak da en diisiik sayida
madde ve standart hatanin 0.40’1n altina diistiigii durum ele alinmistir. Bu baglamda
BOBUT uygulamalarinda farkli yetenek kestirim yontemi, baslama kurali, madde

secim yontemi ve durdurma kurali segilerek MPS’nin etkileri incelenebilir.

7. Bu calisma kapsaminda maddelerin goriilme sikhigina (item exposure) iliskin
herhangi bir siirlama getirilmemistir. Maddelerin goriilme sikligma iliskin olarak
farkli yontemler kullanilarak ve ¢esitli sinirlamalar getirilerek MPS’1i madde havuzu

olmas1 durumunda, yetenek kesitirimlerine etkisi incelenebilir.

8. Bu calisma kapsaminda tiim bireylerin MPS’li maddelerle karsilasabilecegi durum
ele almmistir. Ancak gercek uygulamalarda miifredat degisikligi veya pratik
yapmadan kaynakli olarak belirli bir grup bireyin aldigi maddelerde MPS
goriilebilmektedir. Bu dogrultuda, bazi bireylerin aldigi maddelerde MPS varken,
diger bireylerin aldiklar1 maddelerde MPS’nin olmadigi durumun yetenek

kestirimlerine etkisi incelenebilir.
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